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OZET

Bu calismanin amaci, TS EN ISO IEC 17025 standardi ¢cercevesinde kurulacak
bir kalite yonetim sistemi ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi, standart
gerekliliklerinin hangi faaliyetler ile karsilanacaginin belirlenmesi, is giiciiniin
planlanmasi, gerekli niteliklere sahip personelin atanmasi icin ¢ok olgiitlii karar
verme teknikleri ve Kalite Fonksiyonu Yayilim tekniklerinin biitiinlesik olarak
kullanildigr bir yontem olusturmaktir. Bu kapsamda, oncelikle Kalite
Fonksiyonu Yayilim ayrintili bir sekilde ele alinmistir. Daha sonra cok ol¢iitlii
karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarsi Prosesi ve Analitik Ag
Prosesi’ne deginilmis séz konusu yontemlerin avantajli yonlerinin bir araya
getirildigi yeni bir cok olciitlii karar verme yaklasim olan Doniisiim Yontemi
gelistirilmistir. S6z konusu yontemin Analitik Ag Prosesi’ne yakin sonuclar
verdigi ve hesaplama kolayhigi sagladigi gozlemlenmistir. Daha sonra Kalite
Fonksiyonu Yayillimi ve cok olciitlii karar verme tekniklerinin bir arada
kullamlmas1 konusu ele alimmis, gelistirilen yontemler oOrnekler iizerinde
degerlendirilmistir. Daha sonra TS EN ISO IEC 17025 standard: ve laboratuar
akreditasyonu konusu incelenmistir. Calismamin yedinci boliimiinde Kalite
Fonksiyonu Yayillim ve cok olgiitlii karar verme tekniklerinin bir arada
kullamlarak TS EN ISO IEC 17025 standardi maddeleri analizinin yapildig: bir
uygulamaya yer verilmistir. Oncelikle uygulamanin yapildigi laboratuar

tamtilmms daha sonra TS EN ISO IEC 17025 standardi analiz edilerek,



yapilmasi gereken faaliyetler Kalite Fonksiyonu Yayilim ve c¢ok olgiitlii karar
verme teknikleri ile belirlenmis, gruplanms ve elde edilen sonuclardan
hareketle, mevcut durumda séz konusu laboratuarda istihdam edilen personelin
faaliyetlere tahsisi yapilmustir. Sekizinci boliimde sonuclara yer verilmis,

yapilan gozlemler degerlendirilmistir.

Bilim Kodu : 906.1.070

Anahtar Kelimeler : TS EN ISO IEC 17025 Standardi, Cok Olciitlii Karar
Verme, Kalite Fonksiyonu Yayilimi,

Sayfa Adedi : 160

Tez Yoneticisi : Prof. Dr. Ertan GUNER



vi

THE ANALYSIS OF TS EN ISO IEC 17025 STANDARD WITH QUALITY
FUNCTION DEPLOYMENT AND MULTICRITERIA DECISION MAKING
TECHNIQUES
(M.Sc. Thesis)

Erdogan OLCAY

GAZi UNIVERSITY
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
July 2007

ABSTRACT

The aim of this study is to form a method that multicriteria decision making
and quality function deployment techniques are used in, to meet the
requirements related to quality management system which will be established in
the frame of TS EN ISO IEC 17025 Standard, to determine the activities which
will meet the requirements of the Standard, to plan the work force and to make
the assignment of personnel who has the required qualifications. Firstly, Quality
Function Deployment had been considered with in this scope. After, The
Multicriteria Decision Making Techniques Analytical Hierarchy Process and
Analytical Network Process had been mentioned and a new Multicriteria
Decision Making approach, Transformation Method which the advantageous
parts of the methods under consideration had been brought together in, had
been improved. It is observed that the method gives similar results to the results
that are taken with Analytical Network Process and provides calculation
easiness. Afterwards, the subject about the usage of Quality Function
Deployment and Multicriteria Decision Making Techniques together had been
considered and the improved methods had been evaluated on examples. After,
TS EN ISO IEC 17025 Standard and laboratory accreditation issue had been
examined. In the seventh section of the study an application that the analysis of

TS EN ISO IEC 17025 standard had been made in with using the Quality



vii

Function Deployment and Multicriteria Decision Making Techniques had been
discussed. Firstly the laboratory that the application made had been introduced
then the activities which are necessary to do had been determined, grouped with
Quality Function Deployment and Multicriteria Decision Making Techniques
and the allocation of the personnel that are employed in the laboratory in the
existing case to the activities had been made. The results had been discussed and

the observations had been evaluated in the eighth section.
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Bu calismada kullamilmis bazi simgeler ve kisaltmalar, aciklamalan ile birlikte

asagida sunulmustur.
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Telekomiinikasyon Kurumu Piyasa G6zetimi Laboratuar
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1. GIRIS

Kalite kavrami giinimiize bir kurulus icin art1 olmaktan ¢ikmis, birincil gereklilik
halini almistir. Gerek kar amaci giiden isletmeler gerekse temel hizmetlerin
saglanmasindan sorumlu kamu kuruluslar, organizasyonlarini, kurduklar1 kalite

sistemleri ve bunlarin ilkelerine dayanarak yonetmektedir.

S6z konusu kalite sistemlerinin kurulmasi ve diizgiin isleyisi icin karsilanmasi
istenen gereklilikler uluslar arasi standartlar ile belirlenmektedir. S6z konusu
standartlarda, aym veya farkli konularda calisan bircok kurulusa hitap etmek
amactyla ¢ok genel ifadeler kullanilarak organizasyon ve isleyis hakkinda yapilmasi
gerekenler ayrintiya girmeden belirtilmekte, gerekliliklerin karsilanmasi igin
kullanilacak yontemler veya yapilmasi gereken faaliyetlere yer verilmemektedir. Bu
nedenle kalite yonetim sistemleri kurulurken her kurulus kendi sartlarin1 da dikkate
alarak ilgili standartlann yorumlamak ve uygulamada cesitli yontemler gelistirmek

zorundadir.

TS EN ISO IEC 17025 standardi, deney ve kalibrasyon laboratuarlarinin yeterliligi
icin genel sartlar1 belirleyen uluslar aras1 bir standarttir. S6z konusu standart yonetim
ve organizasyon konularinin yaninda laboratuarin test ve Olgiim yeteneginin, ilgili
personelinin, cihazlarmin ve her cesit kaynaginin yeterliligine iliskin genel esaslar1

da belirtmektedir.

Bu calismada amac, Kalite fonksiyonu yayilimi (KFY) ve c¢ok olg¢iitlii karar verme
tekniklerinin kullamimiyla TS EN ISO IEC 17025 standard1 gerekliliklerinin yerine
getirilmesi ve s6z konusu standart ¢ercevesinde kurulacak kalite yonetim sistemin
diizgiin isleyisinin saglanmasi i¢in bir yontem gelistirmek ve bdylece laboratuar

kalite sistemini izafi kavramlardan kurtarip analitik hesaplamalara dayandirmaktir.

KFY iiriin/hizmete iliskin tasarim kalitesini gelistirmeyi amaglayan bir iiriin/hizmet
gelistirme teknigidir. Misterileri dinleyip tam olarak ne istediklerini 6grendikten

sonra, bu ihtiyaclarin eldeki kaynaklarla en iyi sekilde nasil karsilanacagim



belirlemenin mantiksal bir yoludur. KFY miisteri isteklerini ve bu istekleri yerine
getirmek icgin gerekli olan teknik ihtiyaglar1 tamimlayan ve arasindaki iliskileri
belirleyerek iiriin/hizmet kalitesini gelistirmek i¢in gerekli stratejileri belirlenmesini
saglayan bir yontemdir. Cok olciitlii karar verme teknikleri ise karar vericiye hizla
degisen cevresel kosullara kars1 hizla uyum saglama ve bu degisime paralel olarak
etkin kararlar alabilme, karar siirecinde ¢ok sayida nitel ve nicel faktorii bir arada
degerlendirebilme imkani saglayan araclardir. TS EN ISO IEC 17025 standardi
odakl1 kalite sisteminin kurulmas1 ve yonetiminde KFY ve cok olciitlii karar verme
tekniklerini iceren yontemlerin kullanilmasi sistemin isleyisi acisindan faydali

olacaktir.

Bu kapsamda calismanm ikinci boliimiinde, KFY ve cok olgiitlii karar verme
tekniklerine iliskin literatiir arastirmasina yer verilmis daha sonra ii¢lincii boliimde
KFY yontemi ayrintili bir sekilde ele alinmistir. YOntemin ortaya c¢ikisi, tanimu,

faydalar anlatilmis ve uygulama adimlarindan bahsedilmistir.

Dordiincii boliimde ¢ok olgiitlii karar verme tekniklerinden analitik hiyerarsi prosesi
(AHP) ve analitik ag prosesi (AAP) ele alinmistir. S6z konusu teknikler
aciklandiktan sonra orneklere yer verilmistir. Daha sonra AHP ve AAP tekniklerinin
avantajli yonlerini bir araya getiren yeni bir cok Olgiitlii karar verme yaklasimi
gelistirilmistir. SOz konusu yonteme iliskin uygulama adimlar1 bir 6rnek problem
izerinde agiklanmis elde edilen sonuglar diger cok Olciitlii karar verme teknikleri ile

karsilastirilarak degerlendirmeler yapilmustir.

Daha sonra KFY ve cok olgiitlii karar verme tekniklerinin bir arada kullanilmasi
konusu besinci boliimde ele alinmis ve gelistirilen yontemlere iligkin orneklere yer

verilmistir.

Altinct bolimde TS EN ISO IEC 17025 standardi ve laboratuar akreditasyonu
calismalar ana hatlan ile agiklanmistir. Standardin icerigi ve genel maddelerinden

bahsedildikten sonra laboratuar akreditasyonu konusu incelenmistir.



Calismanin yedinci boliimiinde KFY ve ¢ok olciitlii karar verme tekniklerinin bir
arada kullanilarak TS EN ISO IEC 17025 standardi maddelerinin analizinin yapildig
bir uygulamaya yer verilmistir. Oncelikle uygulamanin yapildig1 Telekomiinikasyon
Kurumu Piyasa Gozetimi Laboratuart (PGL) tanitilmig, daha sonra TS EN ISO IEC
17025 standardi analiz edilerek, yapilmasi gereken faaliyetler KFY ve cok olciitli
karar verme teknikleri ile belirlenmis, gruplanmis ve elde edilen sonuglardan
hareketle, mevcut durumda s6z konusu laboratuarda istihdam edilen personelin gorev

dagilim1 yapilmistir.

Son boliimde sonuglara yer verilirken elde edilen bulgular ve yapilan gozlemler
degerlendirilmis, konu ile ilgili yapilabilecek diger caligmalar hakkinda

degerlendirmeler belirtilmistir.



2. LITERATUR ARASTIRMASI

Bu boliimde oncelikle KFY yontemi ile ilgili yapilan calismalar ve yontemin
uygulama alanlarindan bahsedilmistir. Daha sonra c¢ok olgiitli karar verme

tekniklerinden AHP ve AAP yontemleri ile ilgili yapilan ¢aligmalar incelenmistir.

Kalite Fonksiyon Yayilimi; 197011 yillarda Japonya’da Akao ve Mizuno tarafindan
gelistirilmistir. Mizuno ve Akao’ya gore KFY, toplam kalite yonetimi icinde miisteri
memnuniyetini giivence altina almaya yarayan bir kalite sistemidir [Zultner, 1993].
Miisteri istek ve ihtiyaglarinin dogru bir sekilde anlasilarak pozitif kalitenin ortaya
cikarilmasi, pozitif ve yeni degerler yaratilmasi ve bdylece miisterilerin daha fazla

memnun edilmesi icin kullanilabilecek en iyi sistem KFY dir [ Yenginol, 2000].

1988 yillar1 arasinda ABD’de KFY iizerine ilk kitap yayinlanmig ve yontem hizmet
isletmelerine uyarlanmistir. ABD’de ilk KFY sempozyumu 1989’da diizenlenmis, ilk
“Deming Kalite Odiilii” ise 1991 de verilmistir [Mazur, 1993].

Ulkemizde ise Yenginol konu hakkinda yurt disi kaynaklardan ceviriler yapmus,
KFY iizerine uzmanlasmis, bu alanda bir¢ok yaymn ve arastirmaya da imza atmis
olup, KFY’nin taninmasina 6nemli katkilarda bulunmustur. 2000 yilinda yaptig
calismada yontemin genel adimlarini acgiklamig iiriin/hizmet gelistirme siirecinde

saglayacag faydalar ortaya koymustur [Yenginol, 2000].

KFY, Amerika’da ilk kez 1984 yilinda Xerox sirketinden Clausing tarafindan
uygulanmistir. Ulkemizde ilk KFY uygulamasi Arcelik firmasi tarafindan 1994
yilinda bulagik makineleri iizerinde gergeklestirilmistir [Akbaba, 2000].

KFY bir¢ok alanda iirtin ve hizmet gelistirme calismalarinda kullanilmaktadir
Bergquist ve Abeysekera iiriin gelistirme siirecinde KFY yonteminin kullanimini
aciklayan bir ¢calisma yapmislardir [Bergquist ve Abeysekera, 1996]. Taptik ve Keles
savas araglarinin degerlendirilmesi amaciyla KFY yontemini uygulamislardir [Taptik

ve Keles, 1998]. Sohn tarafindan yapilan ¢aligmada trafik kazalarinin azaltilmasi



amaciyla KFY yontemi kullanilmistir [Sohn, 1999]. Bozkurt yaptigi calismada
hizmet sektoril i¢cin KFY kullanimi konusunu ele almistir [Bozkurt, 1998]. Yine bu

konuda Akbaba’nin bir ¢alismasi da mevcuttur [Akbaba, 2000].

Partovi ve Corredoira futbolun gelistirilmesi konusunda, Costa ve ark., yemek
endiistrisi ile ilgili yaptiklar1 ¢alismada, Oter ve Tiitiincii seyahat acenteleri ile ilgili
yaptiklar1 calismada, Giilli ve Ulcay kablo iiretimiyle ilgili olarak yaptiklar
calismada KFY yontemini kullanmislardir [Partovi ve Corredoira, 2002; Costa ve

ark., 2000; Oter ve Tiitiincii, 2001; Giillii ve Ulcay, 2002].

Savas ve Ay yaptiklart calismada KFY yontemini iiniversite kiitiiphanesi tasariminda
kullanmiglardir. Karsak ve ark., KFY ve hedef programlama ydntemlerinin bir arada
kullanildigr bir ¢alisma ile KFY’nin bagka bir yontemle i¢ ice kullanilabilecegini
gostermislerdir [Savas ve Ay, 2005; Karsak ve ark., 2002].

Cok olciitlii karar verme tekniklerinden AHP 1970’lerde Saaty tarafindan
gelistirilmistir [Saaty, 1980]. AHP, birden ¢ok kriter iceren karmasik problemlerin
¢Oziimiinde kullanilan bir karar verme yontemidir. AHP, karar vericilerin karmasik
problemleri, problemin ana hedefi, faktorleri, alt faktorleri ve alternatifleri arasindaki
iliskiyi gosteren bir hiyerarsik yapida modellemelerine olanak verir. AHP nin en
onemli Ozelligi karar vericinin hem objektif hem de subjektif diisiincelerini karar
siirecine dahil edebilmesidir. Bir diger ifade ile AHP, bilginin, deneyimin, bireyin
diisiincelerinin ve Onsezilerinin mantiksal bir sekilde birlestirildigi bir yontemdir.
AHP cok genis bir uygulama alanina sahiptir ve pek ¢ok karar probleminde etkin

olarak kullanilmaktadir.

AHP 90’11 yillarda da ¢ok cesitli konularda yapilmis olan ¢aligsmalarda kullanilmistir.
Datta iiretim sistemlerinin dagilimi probleminde, Ulengin Istanbul’daki ulasim
problemlerine yonelik calismasinda, Oner ve Ulengin silah secimi probleminde,
Ramanathen ve Ganesh kaynak dagilim probleminde, AHP yontemini
uygulamislardir [Datta, 1992; Ulengin, 1994; Oner ve Ulengin, 1995; Ramanathen ve
Ganesh, 1995].



90’11 yillardan 2000°1i yillara gelindiginde AHP’nin pek cok calismada tamsay1
programlama, hedef programlama, dinamik programlama gibi yoneylem arastirmasi
teknikleriyle birlikte kullanilabildigi de goriilmektedir [Chin ve ark., 1999].
Bevilacqua ve Braglia bakim stratejisi secimi ile ilgili yaptiklart calismada,
Yurdakul, firmalarinin  kredibilitesinin ~ belirlenmesinde =~ AHP  yontemini
uygulamislardir [Bevilacqua ve Braglia, 2000; Yurdakul, 2000]. Yurdakul yaptigi
baska bir calismada AHP ve hedef programlama yontemlerini bilgisayarla biitiinlesik

imalat sistemleri se¢imi problemlerinde bir arada kullanmistir [ Yurdakul, 2004].

Son yillarda yapilan caligmalarda, Wei ve ark. ERP sistemlerinin se¢imi
probleminde, Tzeng ve ark. toplu tagitmada kullanilacak otobiis yakitlarinin se¢imi ile
ilgili yaptiklar1 caligmada, Sarkis tedarik¢i se¢imi probleminde AHP yontemini
uygulamislardir [Wei ve ark., 2005; Tzeng ve ark., 2005; Sarkis, 2002]. Prakash
tarmm {iriinleri icin arazi uygunlugu probleminde, Ozdemir performans degerleme
sistemi tasariminda, Al Khalil teslimat metodu secimi probleminde, Aras ve ark. ise
gozlem evi yeri secimi probleminde AHP’yi kullanmislardir [Prakash, 2003;
Ozdemir, 2002; Al Khalil, 2002; Aras ve ark., 2004].

AHP faktor agirliklarinin belirlenmesini ve belirlenen bu faktoér agirliklarindan
hareketle alternatiflerin degerlendirilmesini saglayan, anlasilmasi ve uygulanmasi
kolay olan etkili bir yoOntemdir. Bununla birlikte bir problemin AHP ile
modellenmesinde degisik sorunlar ile karsilasilmaktadir. Bunlarin basginda AHP’nin
karar problemini tek yonlii bir hiyerarsi ile modellemesi ve faktor ve faktdr gruplar
arasindaki iligkileri dikkate almamasi gelmektedir. AHP yonteminde karsilagilan
diger bir sorun sira degisimidir. Sira degisimi; belirli bir faktor kiimesine gore
belirlenen alternatif Onceliklerinin, yeni bir alternatif eklendiginde veya
cikarildigimda degismesidir [Saaty, 1996]. S6z konusu sorunlar AAP’de nispeten

daha az goriilmektedir.

Kapsamli bir ¢ok olgiitlii karar verme yontemi olan AAP, karmasik karar verme
problemlerinin ¢oziimiinde kullanmilmigtir. Meade ve Sarkis iiretim hizinin

iyilestirilmesi i¢in gelistirdikleri bir metodolojide AAP yontemini kullanmislardir



[Meade ve Sarkis, 1999]. Lee ve Kim tarafindan yapilan calismada bilgi sistemi
proje secimi siirecinde AAP kullanilmis ve AAP ile bulunan proje oncelikleri 0-1
hedef programlama modeli i¢in bir kisit olarak kullamilmistir [Lee ve Kim, 2001].
Karsak ve ark. iiretim planlama konusunda yaptiklari calismada, Partovi ve
Corredoira ise futbolun gelistirilmesi konusunda yaptiklar1 ¢aligmada, kalite islev
konuglandirma siirecinde AAP yonteminin kullanilmasina oOrnekler vermislerdir

[Karsak ve ark., 2002; Partovi ve Corredoira, 2002].

AAP, Meade ve Presley tarafindan alternatif arastirma gelistirme projelerinin
degerlendirilmesinde kullanilmistir [Meade ve Presley, 2002]. Bayazit bir iiretim
isletmesi i¢in en uygun iiretim yonetimi sisteminin belirlenmesinde, Sarkis stratejik
tedarikci secimine yonelik olarak gelistirdigi modelde AAP yontemini kullanmigtir

[Bayazit, 2002; Sarkis, 2002].

Daha sonraki yillarda Mikhailov ve Singh tarafindan bir karar destek sisteminin
gelistirilmesi siirecinde, Yurdakul tarafindan iiretim isletmelerinin uzun doénemli
performanslarimin  degerlendirilmesine yonelik olarak gelistirilen modelde AAP

tekniginin kullamildigi goriilmektedir [Mikhailov ve Singh, 2003; Yurdakul, 2003].

AAP teknigi Momoh ve Zhu tarafindan optimal iiretim ¢izelgesinin belirlenmesinde,
Niemira ve Saaty tarafindan finansal kriz tahmini i¢in gelistirilen modelde
kullanilmistir [Momoh ve Zhu, 2003; Niemira ve Saaty, 2004]. Chung ve ark. iiriin
karistmi icin gelistirdikleri modelde, Dagdeviren ve ark. ise tedarik¢i se¢imi
probleminde AAP yontemini kullanmiglardir [Chung ve ark., 2005; Dagdeviren ve
ark., 2006].

S6z konusu c¢aligmalarda, faktorler arasindaki iligkilerin hesaplamalara dahil
edilmesinin karar problemlerinde daha etkin sonuglar elde edilmesine imkan verdigi

vurgulanmistir.



3. KALITE FONKSIYONU YAYILIMI

3.1. Tamim ve Tarihge

Kobe tersanelerinde gelistirilen yontemin Japonca orijinal adi, “Hin Shitsu, Ki Nou,
Ten Kai”dir [Guinta ve Praizler, 1993]. Bu isim, Ingilizceye “Quality Function
Deployment” olarak terciime edilmistir. KFY, yaraticilarindan biri olan Akao
tarafindan miisteriyi tatmin etmek ve miisterinin taleplerini tasarim hedeflerine ve
tiretim sirasinda kullanilacak baglica kalite giivence noktalarina doniigtiirmek
amactyla tasarim kalitesini gelistirmeyi amaglayan bir yOntem olarak

tanimlanmaktadir [ Yenginol, 2000].

KFY; tasarim kalitesini iiriin daha tasarim asamasindayken giivence altina almanin
bir yoludur [Yenginol, 2000]. KFY, miisteri girdilerinin tasarim, imalat ve servise
kadar iletilmesinin, bi¢imi eve benzeyen bir dizi matris kullanarak fonksiyonlar arasi
bir takim tarafindan yapildig1 bir iiriin/hizmet gelistirme siirecidir [Griffin ve Hauser,
1993]. KFY, miisterileri dinleyip tam olarak ne istediklerini 6grendikten sonra, bu
ihtiyaclarin eldeki kaynaklarla en iyi sekilde nasil karsilanacagini belirlemenin

mantiksal bir yoludur [Guinta ve Praizler, 1993].

Kalite kavraminin gelisimi ile miisteri isteklerinin 6n plana ¢iktig1 giiniimiiz piyasa
sartlarinda, hizla degisen miisteri beklentilerine en kisa siirede cevap verebilme
kabiliyeti firmalarin rekabet giiciinii artiran en 6nemli unsurlardan birisidir. Bugiin
bircok firma artan miisteri beklentilerini karsilayabilmek i¢in gercek miisteri
isteklerini, diger bir deyisle miisterinin sesini iiriin veya hizmetlerine yansitabilmenin

yollarin1 aramaktadir.

Isletmelerin basarili olmalar1 ve yasamlarmi devam ettirmeleri icin miisteri
memnuniyeti bir zorunluluktur. Toplam kalite yonetimi ve siirekli gelisme felsefeleri
miisteri memnuniyetini saglamada kullanilan araclardir ve bunlarin her ikisi de KFY
gibi bir diisiince tarzini igeren metotlarin kullanilmasin1 gerektirmektedir. KFY

yontemi {riinlerin ve hizmetlerin miisteri gereksinimlerine gore tasarlanmasi



gerektigi felsefesine dayanmaktadir. Onceleri yaygin olarak iiriin tasarimi icin
kullanilmig olan KFY, giiniimiizde hizmet endiistrisi i¢in de biiyiik kullanim alanina
sahiptir. KFY mal ve hizmet temelli sirketlerin her ikisinde de basariyla
uygulanmistir.  Sirketler, hizmetlerin gelistirilmesinde, egitim programlarinin
olusturulmasinda, yeni is gorenlerin seciminde ve yeni mal ve hizmetlerin
tasariminda KFY metodunu kullanmislardir. KFY metodu, 60’11 yillarin ortalarinda
Japonya’da gelistirilmis ve basar1 ile uygulanmistir. Japon firmalart Mitsubishi ve
Toyota 70’1i yillarin baslarindan itibaren bu yontemi uygulamaya baglamislardir.
Amerika’da 80’li yillarin baslarindan itibaren, Avrupa iilkelerinde ise bundan 10 y1l

sonra Amerikan mensgeli firmalar biinyesinde kullanilmaya baslanmistir.

3.2. Kalite Fonksiyonu Yayilhmn ile Ilgili Kavramlar

Kalite Evi, KFY nin temel yapisidir. Miisteri istekleri ile bunlar1 karsilamaya yonelik
olarak belirlenen kalite karakteristiklerini iligkilendirmeye, {iriin Ozelliklerini
algilamaya dayal1 olarak karsilastirmaya, kalite karakteristiklerini objektif Ol¢iilere
dayali olarak karsilastirmaya ve aralarindaki olumlu ya da olumsuz korelasyonlar
belirlemeye yarayan bir matrisler setidir [Morris ve Morris, 1999]. Kalite evinin
sekilsel gosterimi, temel kisimlar1 ve kisimlarin tanimlamalar1 asagida Sekil 3.1°de

gosterilmektedir.

Korelasyon
matrisi

5
Teknik
gereksinimler E
. 3
Muisteri 1§
istekleri

1 4 2

=

Planlama
6 matrisi

Teknik o
degerlendirme

Sekil 3.1. Kalite evinin temel kisimlari
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Kolaylastirici, KFY’yi , elemanlarini, ¢esitli uygulamalarim ve segeneklerini bilen ve
uygulama deneyimi olan, KFY takimimi yonlendirme gorevini iistlenmis, firma
icinden ya da disindan segilebilen yonlendirici kisidir. KFY Takimi, KFY Projesini
yiirtitmek icin; projeyle ilgili olan boliimlerden ve en azindan bir defa KFY semineri
almis kisiler arasindan secilmis firma calisanlarindan olusan proje grubudur

[Akbaba, 2000].

Miisterinin Sesi, miisteri i¢in her biri belli bir Sneme sahip olan miisteri ihtiyaclarinin
hiyerarsik bir setidir [Grifin ve Hauser, 1993]. Miisteri gereksinimleri diger bir ifade
ile miisterinin sesi, miisterinin iiriin ya da hizmetin 6zelliklerine iliskin beklentileri
istekleri ve algilamadigl ihtiyaclaridir. Bir KFY calismasina baslarken miisteri
ihtiya¢ ve beklentileri temel veridir. Bu verileri toplamak i¢in sistemli bir miisteri
iletisim calismas1 gerekmektedir. Miisteri tanimlama evresinin tamamlamasindan
sonra miisteri ile nasil temasa gecilecegi ve miisterinin tasarim evresine nasil
katilacagi; genel tanimiyla; miisterinin sesinin nasil duyulacagi planlanmalidir [Savas

ve Ay, 2005].

Miisterinin sesini duymak bir baska deyisle miisteri diisiincelerini dile getirmek igin
anket calismalari, odak gruplar, miisteri panelleri, deneme siiregleri, goriismeler,
miisteri ziyaretleri, fuar ve ticari gosteriler gibi cesitli yontemler kullanilabilir.
Miisterilerin daha iyi anlasilabilmesi i¢cin KFY bu geleneksel yontemlerin yaninda
“Gemba Analizi” ve “Kano Modeli” yardimiyla iiriin niteliklerini siniflandirma gibi

yontemleri kullanir [Savas ve Ay, 2005].

Gemba Analizi, miisterinin sesini dinlemede kullanilan bir yontemdir. Gemba,
iriiniin miisteri tarafindan kullanildigr asil ortamdir. Dolayisiyla gemba analizi,
misteri ihtiyaglarimi anlamak amaciyla iriiniin  kullanildigi yerde yapilan
gozlemlerdir [Akbaba, 2000]. Gemba iiriiniin kullanildig1 gercek ortam diger bir
deyigle iiriin ya da hizmetin miisteri icin degere doniistiigii yerdir. Gemba analizi
sayesinde miisterilerin kendilerinin de farkinda olmadig: ihtiyaclar, tiriiniin kullanimi
gozlenerek ortaya cikarilmaya calisilir. Miisteriye ait gercek ipuclar sadece gembada

bulunmaktadir.
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Bir isletmenin basarili olabilmesi icin tiiketici gereksinimlerinin belirlenmesi yeterli
degildir. Bu gereksinimlerin miisteri tatminini ne derece etkilediginin bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle isletmeler tiiketici gereksinimlerini en dogru sekilde
analiz etmelerini saglayan Kano Modelinden faydalanmaya baslamislardir. Noritoki
Kano tarafindan gelistirilen model, isletmelerin miisteri beklentilerini karsilayabilme
derecesi ile tiiketici tatmini arasindaki iligkiyi anlatan bir modeldir. Kano modelinin
grafiksel gosterimi asagidaki Sekil 3.2’de goriilmektedir. Grafigin yatay ekseni {iriin
veya hizmetin miisteri beklentilerini karsilamada ne kadar basarili oldugunu
gostermektedir. Kisaca basar1 derecesi, isletmenin tiiketici gereksinimlerini
karsilayabilme derecesidir [Day, 1998]. Dikey eksen ise iiriin veya hizmetle ilgili

miisteri tatmin derecesini gostermektedir.

Memnuniyvet

derecesi oy .
Heyecan verici kalite

Beklenen kalite

Basar
derecesi

>~ Temel kalite

Sekil 3.2. Kano modeli [Savas ve Ay, 2005]

Miisteri memnuniyeti ile isletmenin basar1 derecesi arasindaki iligskiyi ortaya koyan
modele gore temel kalite, beklenen kalite ve heyecan verici kalite olarak algilanan ii¢

tiirlii miisteri ihtiyaci vardir.

Temel kalite, miisteriler tarafindan zaten iiriin {izerinde bulunmasi gerektigi

diisiiniilen ve bulundugu varsayilan ozelliklerdir. Uriiniin veya hizmetin
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bilesenleridir. Bunlarin var olmasi diisiik seviyede de olsa tatmine katkida bulunur.
Bulunmamalar1 ise tatminsizlige neden olur. Uriiniin temel bir islevsel gereksinimi
yerine getirmemesi iiriinde sabit bir sorun oldugunu gosterir. Miisteriler temel
gereksinimlerden nadiren s6z ederler. Yeni alinan bir otomobilin ¢aligir olmasi ya da
cizik olmamasi, siiper marketten alian bir iiriiniin bozuk olamamas1 miisterilerce bir
garanti olarak goriiliir. Bunlar tiriiniin ya da hizmetin islevidir ve bir ariza olmadigi
takdirde miisteriler normalde bu temel kalite konularindan bahsetmezler. Bu temel
unsurlar ¢ogunlukla miisteriler tarafindan kalite olarak bile algilanmazlar [Savas ve

Ay, 2005].

Beklenen kalite, miisteriye s6z konusu iiriinden ne bekledigi soruldugunda alinan
cevaptir. Miisterinin iiriinden bekledigi temel performanstir. Uriin performansi

miisteri memnuniyeti ile dogru orantilidir [Savag ve Ay, 2005].

Heyecan verici kalite olarak algilanan bu gereksinimlerden, miisteriler nadiren direkt
olarak s6z ederler. Miisterinin beklentisinin Otesine gecen seylerdir. Miisteri
memnuniyeti ile {irliniin bagar1 durumu arasindaki iligki artan parabolik bir davranig
gosterir. Uriiniin basaris1 belli bir degere kadar artmaktayken miisteri memnuniyeti
daha fazla bir ivmeyle artmaktadir. Uriin miisteri memnuniyetini tatmin etme

acisindan beklenenin 6tesinde bir performans gostermistir [Savas ve Ay, 2005].

3.3. KFY Yonteminin Faydalar:

KFY kullaniminin sagladig1 avantajlar agagida siralanmistir.

e KFY miisterinin sesini en dogru sekilde tasir. Bu sayede iiriin ya da hizmetin
tasariminda miisterinin istek ve ihtiyaclarina oncelik verilmis olur. Miisterinin sesi
tasarima aktarildiktan sonra, imalat, iiriiniin pazara sunumu ve servis ihtiyaglar1 da
miisterinin istek ve ihtiyaclarina uygun olarak gerceklestirilir. Uriiniin pazara
sunumu da daha kisa siirede gerceklesir ve miisteriler ihtiya¢ duyduklan diriinleri

daha kisa siirede elde etmis olurlar [ Akbaba, 2000].
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e KFY karmasik ve ¢cok unsurlu igletme problemlerini ¢cozmede kullanilan ve farkli
disiplinlerden insanlarin katilimiyla yiiriitiilen bir siire¢ oldugundan sorunlara farkli
perspektiflerden yaklasimi da beraberinde getirir. Dolayisiyla bir problemin bir
digeriyle nasil bir iliski icinde oldugunu gormek, sorunun en Onemli parcalarini
belirlemek ve en kolay nasil ¢oziilebilecegini belirtmek basit istatistiksel teknikler
kullanilarak yapilabilmektedir. Bu sayede daha kaliteli ve giivenilir {iriinler

iiretilebilmektedir [Guinta ve Praizler, 1993].

e Uretimde ve siire¢ tasariminda KFY teknigi kullanilarak hem maliyetlerin asag
cekilmesi, hem de maksimum performans elde edilmesi saglanir [Yenginol, 2000].
Uriin  iizerinde yapilan degisikliklerin biiyiik boliimii tasarim asamasinda
gerceklestirilir. Bu, biitiin tasarim kararlarinin projenin baginda alinmasiyla olur.
Boylece sonradan anlasilan hatalar nedeniyle acil olarak ve panik i¢inde yapilan
degisikliklerin maliyetinden ve miisteri isteklerini g6z Oniine almamanin

maliyetinden kurtulmus olunur [Akbaba, 2000].

o Uriin ve siire¢ tasarimlar1 yapilirken, kaynaklarin biiyiik boliimii miisterilerin en
cok onem verdikleri iiriin niteliklerini gerceklestirmede harcanir. Boylece gereksiz
alanlara yapilan harcamalardan kurtulmus olunur. KFY diiriinlerin veya hizmetlerin
gelistirilme siireclerini kisaltir ve pazara sunumlarimi hizlandirir. KFY ile tasarim
sonrasi degisiklikler ve uygulamadaki hatalar azaltilmakta, bu sayede bu nedenlerle
kaybedilecek zaman kazanilmaktadir. Uygulanan takim caligmalart ve yapilan
planlamalar olas1 problemlerin énceden belirlenip, ¢6ziilmesinde 6nemli bir kolaylik

saglar [Akbaba, 2000].

e QOperasyonlarda, techizatta ve malzemede yapilan degisiklikler sayesinde,
tiretilen iirtinlerin daha ucuza mal edilmesi ve yiiksek kalitede yapilmasi saglanir.
KFY sayesinde miisteri istek ve ihtiyag¢lar1 daha fazla karsilanabildiginden satiglarin
ve gelirlerin artirllmasi saglanir. KFY iirtin gelistirme ya da tasarim siirecinin ¢esitli
asamalarinda bir isletmenin cesitli boliimlerinden bireyleri bir araya getiren bir siire¢

oldugundan isletmedeki iletisimi gelistirir. Siirecin her asamasindan bir sonraki
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asamaya gecerken, terimler herkesin anlayabilecegi sekilde terciime edilerek
anlasilabilir hale getirilir. Bu sayede boliimler arasinda ortak ve anlagilabilir bir dil

olusturulmus olur. Kalite evi sayesinde bu dil semalastirilir [Akbaba, 2000].

e Jletisimi artiran en 6nemli unsurlar, miisteri ihtiyaclarmin doniistiiriilmesinde
kullanilan standart dil, duygulardan ¢ok olaylara odaklanmilmasi ve karar siirecinin
siirekli yenilenen ve modifiye edilebilen bir matris {izerinde gerceklesmesidir.
Verilerin gorsel bir sunumunu olusturan KFY, hem pazarlamacilarin hem de
mithendislerin kolayca anlayabilecekleri bir sunum olusturmaktadir [Giillii ve Ulcay,
2002]. Uriin gelistirmede KFY metodunu kullanan firmalar maliyetlerde %50 diisme,
iriin gelistirme zamaninda %33 azalma ve verimlilikte %200 artis saglamislardir

[Guinta ve Praizler, 1993].

3.4. KFY Uygulama Asamalarn ve Isleyisi

Asama 1: Hedef miisteri 6zelliklerinin ve rakip iiriinlerin 6zelliklerinin belirlenmesi

Birinci asama hedef tiiketicilerin belirlenmesidir. Piyasaya siiriilecek iiriiniin nerede
satilabilecegi, aym {irlinil iireten rakip firmalarin kimler oldugu pazardaki paylar1 ve

rakip iirlinlerin 6zellikleri bu agsamada tespit edilmelidir [Giillii ve Ulcay, 2002].

Asama 2: Miisteri isteklerinin belirlenmesi

Miisteri istekleri, miisterinin iiriin ya da iiriin 6zelliklerine iligskin beklentileridir. Bu
isteklerin tiiketicilerin kendi kelimeleriyle ifade edilmesi onemlidir. Ciinkii daha
sonra yapilacak tiim c¢alismalar bu asamada belirlenmis unsurlar tarafindan

yonlendirilecektir [Giillii ve Ulcay, 2002].

Miisteri isteklerinin belirlenmesinde muhtemel kaynaklar sunlardir:
e (dak grubu ¢alismalari

e llgili kisilerin goriislerinin alinmasi
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e Miisterilerle yapilan birebir goriismeler
e Miisteriden gelen sikayetler,

e Pazar arastirmalar

e Miisteri tatmin arastirmalari

e Sergi ve fuarlardaki yorumlar

Miisteri istekleri belirlenirken maliyet ve fiyatlar bu asamada g6z Oniinde
bulundurulmamalidir. Miisterinin diliyle konusulmali, isteklerin tim KFY calisma
grubunca dogru bir sekilde anlasilmasina 6zen gosterilmelidir [Giillii ve Ulcay,
2002]. Belirlenen miisteri istekleri Cizelge 3.1’de gosterildigi gibi siralanarak kalite

evinin ilgili boliimiine yerlestirilir.

Cizelge 3.1. Miisteri istekleri [Giillii ve Ulcay, 2002]

Miisteri Istekleri

1.Miisteri Istegi
2.Miisteri Istegi
3.Miisteri Istegi

n. Miisteri Istegi

Asama 3: Miisteri isteklerinin gruplanmasi

Istekler belirlenirken miisteriler goriislerini organize bir sekilde aciklamadiklarindan
miisteri istekleri daginik haldedir. Bu istekler iiriiniin farkli pargalarina ait olan
istekler olabilir. Bu nedenle miisteri isteklerinin birbirleriyle iligkili bir gekilde
gruplanmasi gerekmektedir. Bu gruplama kalite evinin olusturulmasi sirasinda teknik
ihtiyaglar belirlenirken miisteri isteklerinin belirli bir diizen i¢inde ele alinmasina

yardimci olur [Giillii ve Ulcay, 2002].
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Bu asamada, anketler araciligl ile ve miisterilerle yapilan birebir goriismeler
vasitasiyla miisterilerin isteklerinin 6nem seviyeleri hakkindaki goriisleri elde edilir.
Kalite matrisinde miisteri istekleri siitunun hemen yaninda, 6nem seviyelerinin
ortalamalarmin yer aldigi 6nem derecesi siitunu yer alir. Onem seviyeleri
belirlenirken 1’den 9’a veya 1’den 5’e kadar olan cesitli 6l¢ekler kullanilabilir.
Olgekte 1 rakam en diisiik 9 veya 5 rakami da en yiiksek onem seviyesini temsil
etmektedir. Herhangi bir miisteri isteginin Onem derecesi, o istek icin her bir
miisterinin ayr1 ayr1 vermis olduklart onem diizeyleri toplamip toplam miisteri
sayisina boliinmek suretiyle hesaplanir. Cizelge 3.2°de miisteri istekleri ve 6nem

dereceleri gosterilmektedir.

Cizelge 3.2. Miisteri istekleri ve onem seviyeleri [Giillii ve Ulcay, 2002]

Miisteri Istekleri Onem derecesi
1.Miisteri Istegi X
2.Miisteri Istegi X,
3.Miisteri Istegi X3
n. Miisteri Istegi Xa

Asama 4: Miisteri algilamasi analizi

Miisterilerin bakis acisiyla onem ve memnuniyet derecelerinin belirlenmesi tek
basina, liriin ya da hizmetin gelistirilmesinde gercekci bir planlama yapabilmek icin
yeterli degildir. Ayn1 zamanda iiriin ya da hizmetin durumuyla rakip iiriinlerin
durumunun arastirilmas1 gerekmektedir. Miisteri isteklerinin karsilanmasi halinde
bunun iiriintin satilabilirligini nasil etkiledigi ve iriin {izerinde ne kadar bir
gelistirmeye ihtiyac oldugu tespit edilmelidir [Giillii ve Ulcay, 2002]. Miisteriye iiriin
ile ilgili sorular sorularak rakip firmalarin iirtinleriyle karsilastirma yapmalari istenir.
Boylece rakiplerin kuvvetli ve zayif olduklarn yonleri tespit edilmeye calisilir.

Miisteri arastirmay1 yapan firmay1 ve rakipleri kendi goziinde bir siralamaya sokar.
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Daha sonra bu siralama notlamaya doniistiiriilerek kalite evine aktarilir. Miisteri

isteklerini algilamadaki 6nemli parametreler asagida verilmistir

Iyilestirme orami, miisteri beklentilerinde eski modele gore yeni modelde ne kadar bir
iyilestirme olacaginin belirlenmesi olarak tarif edilebilir. Satig avantaji, 1,0 - 1,2 - 1,5
olarak verilir. Degiskenligin ya da iyilestirmenin satis getirisine etkisini belirler.
Burada; 1,5 satis potansiyelini ¢ok artirir, 1,2 satis potansiyelini artirir, 1,0 eski
modelden farkli olarak herhangi bir degisiklik yok anlamina gelir. Gerekli

hesaplamalar icin asagida Es. 3.1 ve Es. 3.2°de verilen iadeler kullanilir.

Planlanan kalite diizeyi — Mevcut menmuniyet diizeyi
Tyilestirme orani = (3.1)
Meveut memnuniyet diizeyi

Mutlak agirlik = (Onem derecesi ). (Iyilestirme orani) .(Satig Avantaji) (3.2)

Her bir miisteri istegi i¢in iyilestirme oranlari, satis avantaji ve mutlak agirhik
degerleri ve hesaplanarak kalite evinin ilgili kismina yerlestirilir. Asagida Cizelge

3.3’de genellestirilmis bir miisteri algilamasi analizi gosterilmektedir.

Cizelge 3.3. Miisteri algilamas1 matrisi [Giillii ve Ulcay, 2002]

= = B R
nleE > =2 5 |2 % |2 N ) . Sl
Zdlgzasz 21223122 ¢C32
Z x2 z o8&z |22 |8 m|ELis <5 =
o o & S A& — E B o 322X
2 g <2 la 3|33 |5 <|F <

& o |g =
1. Musterl lStegl Xl Rl Al B1 Pl Yl 1 MA]
2. Mijsteri istegi X2 R2 A2 B2 P2 Y2 1,2 MA2
3. Musterl istegi X3 R3 A3 B3 P3 Y3 1,2 MA3
4. Mijsteri istegi X4 R4 A4 B4 P4 Y4 1,5 MA4
5. Musterl istegi X5 R5 A5 B5 P5 Y5 1 MA5
6. Mijsteri istegi XG R6 AG BG P6 YG 1 MA6
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Miisterilerin rekabete yonelik degerlendirmeleri bir grafiksel goOsterim tarziyla
asagida Cizelge 3.4’de goriildiigii gibi ifade edilebilir. Bu gosterim daha rahat bir
takip imkan1 saglar. Siyah kareler KFY calismasi yapan isletmeye iliskin mevcut
memnuniyet diizeyini, yuvarlaklar A firmasina iliskin memnuniyet diizeyini tiggenler

ise B firmasina iliskin memnuniyet diizeyini ifade etmektedir

Cizelge 3.4. Miisterilerin rekabete yonelik degerlendirmeleri [Giillii ve Ulcay, 2002]

2 MUSTERILERIN REKABETE YONELIK

é o DEGERLENDIRMELERI

A 1 2 3 g 5
1. Miisteri istegi X A /I 0
2. Miisteri istegi X5 Al< o
3. Miisteri istegi X3 Ao
4. Miisteri istegi Xy KK A
5. Miisteri istegi Xs A )l o
6. Miisteri istegi X6 om A

Asama 5: Teknik ihtivaclarin belirlenmesi

Miisteri isteklerinin teknik ihtiyaclara doniistiiriilmesine iliskin sematik gosterim

asagida Sekil 3.3’de verilmistir.

1. TEKNIK {HTiYAC
2. TEKNIK HTIYAC
3. TEKNIK [HTIYAC
4. TEKNIK [HTIYAC

N. TEKNIK IHTIYAC

Sekil 3.3. Miisteri isteklerinin teknik ihtiyaclara doniistiiriilmesi
[Giillii ve Ulcay, 2002]
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Teknik ihtiyaglar belirlenirken dikkat edilmesi gereken husus, belirlenen miisteri
isteklerini bir veya daha fazla teknik ihtiyaca doniistiirmektir. Teknik ihtiyaglar
Olciilebilir nitelikte olmali ve miisterinin sesi ile dogrudan iligkili olmalidir. Teknik
ihtiyaglara bir takim miihendislik hesaplar, deneysel calismalar veya bilgisayarl
benzetim programlart vasitasiyla ¢oziim bulunabilir. Ayrica bu teknik ihtiyaclar
belirlenirken arastirmayi yapan isletmeler teknik imkéanlarn da goz Oniinde

bulundurmalidir.

Teknik ihtiyaclar belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir diger husus da bir miisteri
istegine cevap verecek teknik ihtiyaglarin sayisinin ¢ok fazla olmamasidir. Teknik
ihtiyag¢larin sayisinin fazla olmasi teknik verileri gelistirmek icin gerek duyulan test
sayisini ve alinmasi gereken kararlarin sayisim artirir ve karigikliga yol acar [Giillii

ve Ulcay, 2002].

Asama 6: Iliskilerin belirlenmesi

Miisteri istekleri ile teknik ihtiyaglar arasindaki iliskiler belirlenirken satirlart miisteri
istekleri, siitunlan ise teknik ihtiyaclardan olusan matris kullanilir. Bir miisteri istegi
ile teknik ihtiya¢ arasinda iliski yok ise ilgili hiicre bos birakilir. Eger bir iligki
mevcut ise derecesi zayif, orta veya giiclii seklinde belirlenir ve semboller veya
rakamlar kullanilarak matrise kaydedilir. Genellikle gii¢li bir iligki i¢in ¢ift daire
veya 9 rakami, orta diizeyde bir iligki i¢in tek daire veya 5 rakami ve zayif bir iligki
icin bir iggen veya 1 rakami kullanilir. Genelleme yapmak amaciyla asagida Cizelge
3.5°de verilen iliski diizeyleri, i ve j sirastyla satir ve siitunlan ifade etmek iizere, Ij;

seklinde verilmistir.

Iliskilerin belirlenmesindeki amac, miisteri istekleri ile onemli oranda iliskili olan
teknik ihtiyaclarn1 vurgulamaktir. Daha sonra doldurulmus olan matris, miisteri
isteklerinin 6ncelikli olanlarin1 belirlemek igin analiz edilir. Iligki sembolleri matriste
incelenerek hangi teknik ihtiyaclara dikkat etmek gerektigi proje ekibi tarafindan
tespit edilir. Miisteriler icin iyilestirme yOniinii gostermede bazi semboller

kullanilabilir [Giillii ve Ulcay, 2002].
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Cizelge 3.5. Miisteri istekleri ile teknik ihtiyaclar arasindaki iliskiler
[Giillii ve Ulcay, 2002]

TEKNIK THTIYACLAR

NG
& & & & g & & &
2 2 2 2 2 2 2 2
= = = = = = = =
£ £ b b £ b £ £
o o (0} (0} o (0] o o
= = = = = = = =
— I e} < T) N} o~ 0

1. Miisteri istegi | I, I, I3 Iy

2. Musterl istegi 122 124 125 127

3. Miisteri istegi I, L Ly

4. Miisteri istegi Iy Lue 147

5. Miisteri istegi Is, Ise Is; Isg

6. Miisteri istegi Is> Igs Igs

Konu ile ilgili olarak gesitli semboller kullamlabilir. Ornegin 1, séz konusu degerin
artirnlmasinin kalite diizeyini artirdigini, |, s6z konusu degerin azaltilmasinin kalite
diizeyini artirdigini, O, belirli bir hedefin karsilanmasi gerektigini, =, hedefin
karsilanmasinda herhangi bir giicliikk varsa, hedefin alt tarafindaki degerlerin elde
edilmesinin daha faydali oldugunu, £ ise hedefin karsilanmasinda herhangi bir

giicliik varsa, hedefin iist tarafindaki degerlerin elde edilmesinin daha faydali

oldugunu ifade etmektedir.

Asama 7: Teknik ihtivaclarin mutlak ve bagil 6nem degerlerinin hesaplanmasi

Her bir teknik ihtiyacin miisteri isteklerini karsilanmasindaki etkilerini ifade eden
mutlak ve bagil 6nem degerleri asagida verilen Es. 3.3. ve Es. 3.4’e gore hesaplanir.
S6z konusu esitliklerde i satirlar j ise siitunlar ifade etmektedir. Toplam satir sayisi
n toplam siitun sayis1 ise m ile gosterilmistir. Bir i satirina iligkin mutlak agirhik MA;,
bir siituna iliskin mutlak 6nem degeri M;, bagil 6nem degeri G;, i satir1 ve j siitunu

arasindaki iliski diizeyi ise I;; ile sembolize edilmistir.
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M= >(MA;. Ij) (3.3)

=1

m
GE (M / TMy). 100 (3.4)
=1

Hesaplanan degerler asagida Sekil 3.4’de goriildiigii gibi kalite evinin ilgili kismina

yerlestirilir.

/ 1.Teknik | 2.Teknik 3.Teknik Mutlak
C ihtiyag ihtiyag ihtiyag Agirlik
1. Misteri Istegi | I, 1, I3 MA,
A D B 1. Miisteri Istegi I, MA,
1. Miisteri Istegi I, J BB MA;

Mutlak Onem M, M, M;

—~_{ Ba@l Onem[%] | G, G, G;

Sekil 3.4. Teknik ihtiyaclarin mutlak ve bagil 6nemlerinin hesaplanmasi
[Giillii ve Ulcay, 2002]

Yapilan hesaplamalar sonucu her bir siitunun mutlak ve bagil 6nem degerleri tespit
edilir. Hangi siitunlara ait teknik ihtiyaclar daha yiiksek degere sahipse o teknik
ihtiyaclar tizerinde daha fazla durulur [Giillii ve Ulcay, 2002].

Asama 8: Teknik ihtivaclar arasindaki iliskinin belirlenmesi

Birgok teknik ihtiyag, diger teknik ihtiyaclar ile iligkili olabilir. Bu teknik
ihtiyaglardan birinin gelistirilmesi ile ilgili yapilan caligma, ilgili ihtiyaca yardimci
olabilir ve bunun sonucunda olumlu bir etki ortaya cikabilir. Diger taraftan, bir
ihtiyac1 gelistirmek icin yapilan calisma diger bir ihtiyact olumsuz yonde de
etkileyebilir. Teknik ihtiyaglar arasi iliskilerin gosterildigi korelasyon matrisinde
genellikle dort sembol kullanilir. Kuvvetli ve olumlu bir iligki i¢in 6, olumlu fakat

zayif iliski icin tek daire O, kuvvetli ve olumsuz bir iligki i¢in ¢ift carp1 xx, olumsuz
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bir iliski icin tek carpt x kullanilabilir. Teknik ihtiyaclar arasindaki iligkiler

belirlenerek Sekil 3.5’de goriildiigii gibi kalite evinin ¢atisina yerlestirilir [Giillii ve

Ulcay, 2002].

E
X
C
0 0
o N
A D B
XXX O O

Qn QO QO QO Qn Qn Qn QO
< < < < < < < <
o I I I I - e
~— R R R ~— ~— ~— R
F S|E|E|E|£E|£E|&8 |2
S22 2|8 |58 |E
) (O] (O] (O] o ) ) (O]
=E|lE e e & |E |8 |&
— N o <t v O o~ o]

Sekil 3.5. Teknik ihtiyaclar aras1 korelasyon matrisi [Giillii ve Ulcay, 2002]

Asama 9: Rakiplerle karsilastirma ve hedeflerin belirlenmesi

Arastirmay1 yapan isletme ve rakiplerin iriinlerine iliskin miihendislik 6zellikleri,
cesitli dlgiitlere gore teknik acidan kiyaslanir. Boylece kalite evinde hem miisterilerin
aragtirmayi1 yapan isletmeyi ve rakiplerini nasil algiladiginin kiyaslamasi yapilir hem

de teknik ihtiyacglara gore isletmenin kendi iiriiniiniin rakipler karsisindaki durumu

belirlenir [Giilli ve Ulcay, 2002].

Bu asamada arastirmay1 yapan isletme teknik ihtiyaglarin 6lctimii icin gerekli test
imkanlarina sahip olup olmadigini1 tespit eder. KFY ekibi test ve kontroller igin
gerekli diizenlemeleri yapar. Yapilan kiyaslama sonucunda teknik gereksinimlere
iliskin performans hedeflerinin belirlenmesi asamasina gelinir. Kiyaslama hem

iyilestirilmesi gereken yonler ortaya c¢ikarilir, hem de rakiplere gore iistiin veya zayif

taraflar tespit edilir.
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Kiyaslama sonuglar incelendikten sonra hedef degerler belirlenir. Dogru degeri
bulmak i¢in cesitli denemeler yapilir ve bu denemelerin sonuglar1 analiz edilerek
hedef deger elde edilir. Elde edilen bulgular Sekil 3.6’da gosterildigi gibi kalite evine
aktarilir. Burada j siitun indisi olmak iizere, R, Ry ve Ry swrasiyla KFY’yi
uygulayan isletmenin, s6z konusu isletmenin rakibi olan bir a firmasinin ve yine
isletmenin bir bagka rakibi olan b firmasinin j teknik ihtiyacina iligkin degerlerini

ifade etmektedir. H; ise j teknik ihtiyacina iligkin hedef degerdir.

F
Rekabete yonelik miisteri
degerlendirmesi
— e
5 S o
S | == 1 2 3 4 5
1. Miisteri istegi | 4 0 | | Aﬂo | | |
Gelismenin yonii N

= KFY
% caligsmasini Rr; Faktor :
; v yapan sirket m : Aragtirmay1 yapan
T o | B sirket
S E | € [RakipA Ray : Rakip A
S E 9 p a o : Rakip
2B | g A : Rakip B
22 1 25 :
S En S % Rakip B Rb;
O] Y o
& o X >
Hedef degerler H;j

Sekil 3.6. Rakiplerle karsilastirma ve hedeflerin belirlenmesi [Giillii ve Ulcay, 2002]

Son olarak tiim asamalardan elde edilen veri ve bulgular birlestirerek Cizelge 3.6’da
gosterilen kalite evi elde edilir. Kalite evi incelenerek iiriiniin gelistirilmesi {izerinde
katma degeri en fazla olan teknik ihtiyaclar bagil 6nem degerlerine bakilarak

belirlenir. Burada amag tiim teknik ihtiyaclarda en iyi olmak degildir.
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Uriiniin pazar paymm genisletmek icin katma degeri en fazla olan teknik ihtiyacin
hedef degeri rakiplerin teknik degerlerinden daha istiin bir deger secilir. Teknik
ihtiya¢ degerleri hedefi karsiliyorsa bu teknik ihtiyaglar iizerinde durulmaz. Eger
Cizelge 3.6’da gosterilen birinci teknik ihtiyac degeri bagil onem degeri en yiiksek
olan ise yukariya dogru olan ok isareti de sirketin bu degeri artirmast gerektigini
gosterdigine gore; Ry < Ry, Ry < Ry; demektir. Bu durumda H; hedef degeri Hi>Ry;,
Hi>Ry; olacak sekilde segilmelidir. Bu islemlerden sonra kalite evinin teorik

olusturma islemi bitmis olmaktadir [Giillii ve Ulcay, 2002].

Cizelge 3.6. Kalite evi [Giillii ve Ulcay, 2002]

Korelasyonlar
Bos : Tliski yok.
0 : Kuvvetli olumlu.
xx : Kuvvetli olumsuz.
O : Zayif olumlu.
X : Zayif olumsuz.
Miisterilerin rekabete
yonelik degerlendirmeleri
Teknik 5 |8 |8 |% .
ihtiyaglar |z |2 CRERE g | - & & <& <& & Aragtirmayi
3 | = ¢ ¢
% 2 é é e |8 £ 2 2 =z g =y yapan sirket
SIE|5 |5 |5 2|8 |= = = = = - Rakip A
vicer ISIEIEI1E(E|E |3 |2 |2 |2 |2 |2 |[Voo <
tisteri ElZlz1lz18 1% o g g £ £ g A :Rakip B =
istekleri |2 |8 |2 |E |5 |2 | & B ] 2 el 2 o
SIZ|EIEIZ|IZ|Z | = | |« |5 |+ =
2 = = < =
< |m | & 123 45| %
=
1.Miisteri ol m| A MA,
istegi
2 Miisteri A m| ol MA;
istegi
3.Miisteri Al o MA;
istegi
L
Mutlak 6nem M, M2 M3 M4 M5 Tliski Anahtari
A : Zayif
Bagil 6nem [ % | Gl G2 G3 G4 G5 O: Orta
0 : Giiclii
Gelismenin yoni !l 1O (0] 1 1
KFY caligmasini yapan
) 5 | sirket
£ = Rr; Rr, | Rr; Rr, | Rrs
) o
= >
4 =
EE e -
’ag ES Rakip A Ra, | Ra, | Ra; | Ray | Ras
25 £
23 2 Rb, | Rb, | Rby | Rb, | Rb
Eéﬁ E RaklpB 1 2 3 4 5
Hedef degerler H, H, H, H, H;
Olgii birimi
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4. COK OLCUTLU KARAR VERME

Cok olciitlii karar verme yontemleri, Slgiilebilen ve olgiilemeyen birgok stratejik ve
operasyonel faktorii ayn1 anda degerlendirme imkani saglayan ve ayn1 zamanda karar
verme siirecine ¢ok sayida kisiyi dahil edebilen analitik yontemlerdir. Karar verme
siirecinde bu yontemlerin kullanilmasi karar vericilere alternatifleri degerlendirmede

yardim etmekte ve kaynaklarin daha verimli kullanilmasini saglamaktadir.

4.1. Analitik Hiyerarsi Prosesi
4.1.1. Tanim

Analitik Hiyerarsi Prosesi (AHP); gruplara ve bireylere, karar verme siirecindeki
nitel ve nicel faktorleri birlestirme olanagi veren giiclii ve kolay anlasilir bir
yontemdir. AHP her problem i¢in amag, faktor, olasi alt faktor seviyeleri ve
seceneklerden olusan hiyerarsik bir model kullanir. Karigik, anlasilmasi gii¢ veya
yapisallasmamis sorunlar ic¢in genel bir yontemdir ve ii¢ temel prensip iizerine

kurulmustur [Topcu, 2003].

e Hiyerarsilerin olusturulmasi prensibi
o Ustiinliiklerin belirlenmesi prensibi

e Mantiksal ve sayisal tutarlilik prensibi

Hiyerarsinin tiim parcalart birbirleri ile ilgilidir ve bir faktordeki degisimin diger
faktorleri nasil etkiledigi kolayca goriilebilir. AHP’nin hiyerarsik yapisindaki bu
esneklik ve etkinlik karar vericiye karar siirecinde yardimcei olur. Kararlar1 bu yapida
kurarak; bircok veri tiirli bir araya getirilebilir, performans seviyelerindeki
farkliliklar birbirine uygun hale getirilebilir ve farkli goziiken nesneler arasinda
karsilastirma yapilabilir [Topcu, 2003]. Planlama ve karar verme siiregleri, veri
toplama asamasi, planlama asamasi, se¢cme/karar olmak tiizere ii¢ ana asamada
uygulanir. Veri toplama asamasi, formiilasyon asamasi olarak da tanimlanir.

Problemin durum analizi yapilir. Planlama asamasi, problemi anlama, alternatifleri
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gelistirme, faktorleri segme ve aralarindaki iliskileri olugturma agamasidir. Se¢me /
karar asamasi ise olusturulan faktorleri kullanarak belirlenen amaca ulagmak igin
alternatiflerin degerlendirilmesini igerir [Prakash, 2003]. Karar verme ve planlama

siirecinin gosterimi asagida Sekil 4.1°de verilmistir.

Sistemi tanimla

Sistem
davranisini anla

Veri toplama
('stire¢ modeli )

Genel durumu
belirle

Amaglari

Planlama formule et
ve karar Planlama
v?rmé >> (planlama [—» =
siireci : .
modeli ) Modeli formule E
et §

Alternatifleri
olustur

Alternatiflerin
etkilerini belirle

Se¢me / karar
4P (degerlendirme [—»
modeli)

Degerlendir ve
karar ver

Acikla ve
goziinde canlandir

Sekil 4.1. Karar verme ve planlama siirecinin gosterimi [Prakash, 2003]
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4.1.2. AHP’nin temel yapisi, ozellikleri ve isleyisi

AHP’ de oncelikle amag belirlenir. Bu amag dogrultusunda secimi etkileyen faktorler
ve bu faktorlere iliskin alt faktorler ortaya konur. Daha sonra faktorler ve alt faktorler
g6z Oniine aliarak potansiyel alternatifler belirlenir. Sonucta karar i¢in hiyerarsik bir

yapi1 olusturulmus olur

AHP modelinde hiyerarsinin en {istiinde bir amag¢; bu amacin altinda sirasiyla
faktorler, alt-faktorler ve secenekler vardir. Bir AHP modelinin genel yapis1 Sekil

4.2’de verilmistir.

AMAC
Faktor, Faktor, ... Faktory,
Alternatif; Alternatif , ... Alternatif ,

Sekil 4.2. Basit bir AHP modeli

Hiyerarsi kullanimu karigik sistemlerle ilgilenmek icin etkin bir yoldur. Hem sistem
organizasyonuna olanak verdiginden yapisal olarak hem de sistem ici bilgi kontrolii
ve iletisimine olanak verdiginden fonksiyonel olarak etkindir. Cok olg¢iitlii karar
vermede en temel sorun, degerlendirilen secenekler icin bir¢ok faktér gdz Oniinde
bulundurularak agirlik, 6nem veya iistiinliik belirlemektir. AHP; bir hiyerarsideki bu

tiir tercihlerin belirlenmesi yontemidir [Topcu, 2003].

Karar problemi hiyerarsik bir modele oturtulduktan sonra hiyerarsiyi olusturan
Ogelerin agirliklar1 hesaplanir. Karar verici, bir diizeydeki 6gelerin, hiyerarside
hemen bir iist diizeyde yer alan 68eler acisindan agirliklarini belirler. Burada asagida

Cizelge 4.1°de verilen deger ve tanimlara dayal1 bir yontem izlenir.
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Cizelge 4.1. Onem skala degerleri ve tanimlari [Saaty, 1996]

Onem Derecesi Tanim Aciklama

1 Esit 6nemli Iki segenekte esit derecede dneme sahip

3 Biraz onemli Tecriibe ve yargi bir kriteri digerine karsi biraz iistiin kilmakta

5 Fazla onemli Tecriibe ve yarg: bir kriteri digerine kars1 oldukga iistiin
kilmakta

7 (;Ok fazla onemli Bir kriter digerine gore iistiin sayillmistir

9 Asir1 derecede 6nemli Bir kriterin digerine iistiin oldugunu gosteren kanit ¢cok bityiik
giivenilirlige sahiptir

2,4,6,8 Ara degerler Uzlagma gerektiginde kullanilmak tizere iki ardisik yargi
arasindaki degerler

Cizelge 4.1’deki deger ve tamimlara dayali olarak ikili karsilastirma matrisi

olusturulur. Ikili karsilastirma matrisi 6rnegi asagida Cizelge 4.2°de verilmistir.

Cizelge 4.2. ikili karsilastirmalar matrisi 6rnegi [Ozdemir, 2002]

A B C
1 3 7
B 1/3 1 2
C 177 172 1

Ikili karsilastirma matrisinde kosegen elemanlar her birimin kendisi ile
karsilastirilmasini temsil ettigi icin 1 olur. Matrisin diger elemanlarina bakildiginda
B siitunu ve A satirinin kesistigi hanede 3 goriilmektedir. Buna gore Cizelge 4.1°de
verilen Olgcege dayanarak “A, B’ ye gore biraz daha 6nemli” denir. Buna karsilik
olarak A siitunu ve B satirinin kesisiminde 1/3 olmalidir. Diger matris degerleri de

bu sekilde yorumlanabilir.

Agirliklarin  belirlenmesi icin gerekli matematiksel hesaplar ashinda ikili
karsilastirmalar matrislerinin en biiyilk 6z vektoriiniin bulunmasindan ibarettir.
Herhangi bir diizeydeki ikili karsilastirma matrisinin 6z vektoriinii hesaplamak igin,
elle ¢oziim yapilabilecegi gibi bir yazilimdan da yararlanilabilir. Elle ¢6ziim
yapilirken faktorlerin agirliklarini hesaplamak igin, her bir satirin geometrik
ortalamasi alinarak “w” siitun vektorii olusturulur. Olusturulan siitun vektorii

normalize edilerek, agirliklar vektorii “W” hesaplanir. Belirtilen hesaplamalarda “n”,
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13342} 173+4)
1

matris boyutu ve “J” ise sirasiyla satir ve siitun indeksi, xjj i. satir ve j. siitun

arasindaki iliski diizeyi olmak iizere asagida verilen Es. 4.1 ve Es. 4.2 kullanilir.

Wi = (Hl Xij )m “4.1)
=
Wi
W ' (42)
_E Wi

=1

Eger ikili karsilagtirmalar matrisi yerine alternatiflerin faktdre gore nicel performans
degerleri kullanilacaksa, agirliklar1 hesaplamak icin s6z konusu performans

degerlerinden olusan vektorii normalize etmek yeterlidir [Ozdemir, 2002].

Agirhik degerleri bulunduktan sonra matris tutarlillk orani hesaplanir. Bir
kargilagtirma matrisinin tutarli olabilmesi icin, en biiyiik 6z degerinin (Amax) matris
boyutuna ( n ) esit olmasi gerekmektedir. Matristeki her bir satir Asagida verilen Es.
4.3’e gore W agirliklar vektorii ile carpilarak V1 siitun vektorii elde edilir. Daha
sonra bu vektoriin her elemani, Es. 4.4’e gore agirlik vektoriinde karsi gelen elemana
boliinerek V2 vektorii hesaplanir. En biiyiik 6z deger (Amax) asagida verilen Es.

4.5’e gore V2 siitun vektoriinde yer alan elemanlarin aritmetik ortalamasi alinarak

hesaplanir.

V1; = [Matrisin 1. Satmr] x [W] (4.3)
V1

\_.'21 - —_ (4.4)
Wi
Eﬂ V2;

imax= —=L (4.5)
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Bu hesaplamalardan sonra asagida verilen Es. 4.6’ya gore tutarlilik gostergesi

hesaplanir.

Amax - n

Tutarlldc Gostergesi =

n-l

(4.6)

Tutarlilik gostergesi, asagida Cizelge 4.3’de verilen rassallik gostergelerinden ‘“n”

matris boyutuna karsilik gelen degere Es. 4.7°ye gore boliinerek tutarlilik orani

hesaplanir.
Tutarhilik Gostergesi
Tutarhilik Oram = 4.7)
Rassallik: Gostergesi
Cizelge 4.3. Rassallik gostergeleri [Ozdemir, 2002]
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Rassallik | 0,00 [0,00 [0,58 0,90 | 1,12 1,24 [ 1,32 | 1,41 | 145|149 | 1,51 | 1,48 | 1,56 [ 1,57 1,59

Gostergesi

Tutarlilik oraninin 0,1°den kii¢iik ¢ikmasi halinde matrisin tutarli oldugu kabul edilir.

Asagida Cizelge 4.4’de ornek bir ikili karsilastirma matrisinde ilgili hesaplamalar

gosterilmistir.

Cizelge 4.4. Ikili karsilastirma matrisinde agirlik ve tutarlilik hesabi[Ozdemir, 2002]

A B C w W V1 V2
A 1,00 2,00 3,60 1,93 0,562 1,6892 3,005694
B 0,50 1,00 1,80 0,97 0,281 0,8446 3,005694
C 0,28 0,56 1,00 0,54 0,157 | 047172 3,004586
n=3 3,44 1,00 Amax = 3,005325

Tutarlihk Gostergesi = [Amax —n] / [ n-1] = 0,002663

Tutarlilik Oram = Tutarlilik Gostergesi / Rassallik Gostergesi

= 0,002663 /0,58 = 0,004591 < 0,1 oldugundan matris tutarlidir.
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Sonugta, bir alternatifin bir iist diizey 6geye gore agirhigi, soz konusu iist diizey
Ogenin bir iist diizey acisindan agirlign seklinde devam ederek carpilmasi ve bu
islemin en iist diizey olan amag diizeyine kadar siirdiiriilmesi sonucu; hiyerarsinin en
alt diizeyinde yer alan alternatiflerin amaci1 saglama agisindan agirliklart bulunabilir.

En biiyiik agirlik degerine sahip alternatif en uygun alternatiftir.

AHP, diisiince ve yargida tutarliligt g6z Oniinde bulundurmay1 gerektirmektedir.
Ancak tercihler arasinda tutarlilik bir 6l¢iide ihlal edilebilmektedir. Baz1 durumlarda
ogelerin ikili karsilastirmalari sirasinda gecisgenlik olmayabilir. Ornegin herhangi bir
faktore gore, karar verici, A alternatifini B alternatifine ve B alternatifini ise C
alternatifine tercih ederken C alternatifini de A alternatifine tercih edebilir. Benzer
sekilde, tercihlerin yogunluklarina iliskin sayisal bir tutarsizlik olabilir. Ornegin A,
B’ ye ii¢ kez daha fazla ve B, C’ ye iki kez daha fazla tercih ediliyor iken A, C’ ye

gore alt1 kez daha fazla tercih edilmeyebilir.

Bu sekilde karsilagtirmalara dayali bir degerlendirme sirasinda miikemmel bir
tutarliiga erismek hemen hemen imkansizdir. Bir karar modelinin etkinligi
irdelenirken modelin kullanimi sonucunda verilen kararin tutarsizligimin ilgili
problem acisindan ne denli kotii oldugu aragtirnllmalidir. AHP, incelenen problem icin
tutarlilik varsayimindan sayisal olarak sapma derecesi ile ilgilenir. Sayisal tutarlilik
icin bu gibi durumlarda kurulan hiyerarsik modelin ikili karsilastirmalar matrislerine

ait tutarsizlik oranlarinin %10’dan biiyiik olmamasi gerekir.

4.1.3. AHP’de puanlama yontemi

Degerlendirilecek alternatif sayisinin dokuzu ge¢gmesi durumunda karar vericiyi asirt
derecede zorlayacak ikili karsilastirma matrisleri yerine puanlama kullanmak uygun
olacaktir. Bu yontemde faktor ya da alt faktorler anlamli sekilde boliimlendirilerek
puan araliklar1 saptamir. Alternatifler, sayilari ne olursa olsun, bulunduklar sz
konusu puan araliklarina gore toplam puanlann hesaplanarak amaca gore

siralanabilirler [Topcu, 2003].
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Ornegin bir okula yiiksek lisans basvurusu yapan adaylar arasindan secim yaparken,
aday sayisinin ¢oklugu yiiziinden, son diizeyde, adaylar ic¢in ikili karsilastirmalar
matrisi yerine puanlama yontemi kullanilabilir. Mezun olunan iiniversitenin durumu,
mezuniyet derecesi, sinavdan alinan not, yabanci dil diizeyi, sosyal aktiviteler,
tavsiye mektubu gibi degerlendirme faktorleri belirli araliklara boliinerek
puanlandirilir. Daha sonra ikili karsilastirma matrisleri kullanilarak, faktorlerin
amaca gore onemleri hesaplanir. Adaylarin toplam puanlari, faktorlere gére adaylarin
bulunduklar1 aralia verilen puanlarin faktdr puaniyla ¢arpimlarinin toplanmasi

sonucunun alinabilecek en iyi nota oranlanmasi ile elde edilir [Topcu, 2003].

4.2. Analitik Ag Prosesi

4.2.1. Tanim ve genel 6zellikler

Analitik Ag Prosesi (AAP), AHP yonteminin uzantis1 olan bircok amacli karar verme
yontemidir. AAP, karar verme siirecini etkileyen faktorler ve alt faktorler arasindaki
her tiirlii bagimlilik ve geri beslemeyi sistematik olarak ortaya koymaya imkan

saglayan ilk tekniktir [Bayazit, 2002].

Analitik Ag Prosesi Saaty tarafindan gelistirilen bir¢ok Olciitlii karar verme
yontemidir. AAP yonteminde karar verme problemi bir ag yapisi ile modellenmekte
ve modelleme asamasinda faktorler arasindaki bagimliliklar ve faktor igindeki i¢

bagimliliklar dikkate alinmaktadir.

AHP hiyerarsik iligkileri tek yonli bir iskelet ile gosterirken, AAP, karar seviyeleri
ve Ozellikler arasinda daha karmasik iligkilerin dikkate alinmasini saglamaktadir. Bu
sekilde hiyerarsik yapilar ile modellenemeyen karmasik problemlerin kolay bir

sekilde modellenmesi saglanmaktadir [Karsak ve ark., 2002].

Bir hiyerarsi ve bir ag arasindaki yapisal farklilik asagida Sekil 4.3’de gosterilmistir.
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(b)

Sekil 4.3. Bir ag ve hiyerarsi arasindaki yapisal fark [Dagdeviren ve ark., 2006]
a) hiyerarsi b) ag

AAP’ de karar verme problemi bir ag seklinde modellenmekte ve bu asamada faktor
gruplar arasindaki dis bagimliliklar, geri bildirimler ve aym faktor grubu icinde yer
alan i¢c bagimliliklar dikkate alinmaktadir. AAP bu yapisiyla daha etkin kararlarin
verilmesini saglamaktadir. Sekil 4.4’de farkli sayida faktorlerden olusan faktor

kiimeleri arasindaki iliskileri gdsteren drnek bir ag yapist gosterilmistir.

Dis Bagumlilik

Sekil 4.4. Ornek bir ag modeli [Saaty, 1999]

AAP’de tiim bu iligkiler ikili karsilastirma matrisleri ve bir siipermatris ile
degerlendirilir, faktorler arasindaki iligkileri gOsteren bu siipermatris Oncelik
vektorlerinin elde edilmesinde kullanilir. Stipermatris bir faktoriin diger tiim faktorler
tizerindeki etkisinden hareketle ikili karsilastirma matrisleri ile elde edilen agirlik

vektorleri olusturulur [Saaty, 1999].
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4.2.2. AAP uygulama adimlari

Adim 1: Problemin tamimlanmasi ve modelin kurulmasi

Bu asamada karar verme problemi agik bir sekilde tanimlanmali ve ag seklinde
rasyonel bir bicimde aynstirilmalidir. Bu yapr karar vericilerin fikirlerinden

yararlanilarak elde edilebilir [Karsak ve ark., 2002].

Adim 2: ikili karsilastirma matrisleri ve agirlik vektorleri

AAP’de, AHP’de oldugu gibi her karar etkileyen faktorler ikili karsilagtirmalara tabi
tutulur, boylelikle faktorlerin agirliklart  belirlenir. Karar vericiler ikili
karsilastirmalarda seri sekilde bir takim sorulara cevap vererek iki faktorii ayni
zamanda karsilasgtirir ve bunlarin hedefe olan katkilarinin nasil oldugunu belirler
[Meade ve Sarkis, 1999]. AAP’de ikili karsilastirma matrislerinin olusturulmasi ve
nispi onem agirliklarinin belirlenmesinde AHP’de oldugu gibi Saaty tarafindan

onerilen 1-9 6nem skalas1 (Bkz. Cizelge 4.1) kullanilir.

Adim 3: Siipermatris olusumu

Stipermatrisin genel yapisi markov zinciri prosesine benzerdir [Saaty, 1996].
Birbirine bagiml etkilerin bulundugu bir sistemde global onceliklerin elde edilmesi
icin, lokal oncelik vektorleri siipermatris olarak bilinen bir matrisin kolonlarina tahsis
edilerek yazilir. Sonu¢ olarak bir siipermatris gergcekte par¢ali bir matristir ve
buradaki her bir matris bolimii bir sistem icindeki iki faktor arasindaki iligkiyi
gosterir [Meade ve Sarkis, 1999]. Baslangi¢ siipermatrisi olusturulduktan sonra tim
siitunlarin toplamlar1 1 olacak sekilde normalize edilerek normallestirilmis
siipermatris olusturulur. Elemanlarin birbiri {izerindeki uzun donemli nispi etkileri
normallestirilmis stipermatrisin kuvveti alinarak belirlenir. Agirliklarin bir noktada
esitlenmesini saglamak i¢in s6z konusu siipermatrisin (2k+1). kuvveti aliir, burada
k rastgele secilmis biiyiik bir sayidir ve elde edilen yeni matris siirlandirilmig

siipermatris olarak isimlendirilir [Saaty, 1996]. Bir siipermatris asagida Cizelge
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4.5°de goriildugii gibi ii¢ seviyeden olusur. Burada W;; hedefe gore faktor
agirliklarin1 gosteren bir vektor, W3, faktorler temelinde alternatif agirliklarim

gosteren bir matris, I ise birim matrisi gostermektedir [Dagdeviren ve ark., 2005].

Cizelge 4.5. Siipermatris genel gosterimi [Dagdeviren ve ark., 2005]

H F A

Hedef(H) 0 0 0

W= Faktorler(F) Wy 0 0
Alternatifler(A) 0 Wi, 1

Adim 4: En ivi alternatifin secilmesi

Smirlandirilmis siipermatris ile alternatiflere veya karsilastirillan faktorlere iliskin
onem agirliklar1 belirlenmis olur. En yiiksek agirliga sahip olan alternatif en iyi
alternatif, en yiiksek agirliga sahip olan faktor ise karar siirecini etkileyen en onemli

faktordiir.

4.3. Doniisiim Yontemi

Bu bolimde daha once bahsedilen AHP ve AAP yontemlerinden hareketle
gelistirilmis yeni bir yontem ele alinmaktadir. S6z konusu yontem bir cok Olciitli
karar verme problemi i¢in olusturulan ag yapisini hiyerarsik bir yapiya doniistiirerek
sonuca ulagsma imkéan1 vermektedir. Boylece karar probleminde belirlenen faktorler
arasi iligkiler AAP’de oldugu gibi hesaplamalara katilmakta, ayn1 zamanda ¢6ziim

kisminda AHP’nin hiyerarsik yapis1 kullanilmaktadir.

4.3.1. Doniisiim yontemi uygulama adimlari

Adim 1: Problemin tamimlanmasi ve modelin kurulmasi

Bu asamada karar problemi tanimlanir. Amag, faktorler, alt faktorler, alternatifler ve

iliskiler belirlenir. AAP yonteminde oldugu gibi ag yapisi olusturulur.
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Adim 2: Ag yapisinin hiverarsik yapiya doniistiiriilmesi

Bu asamada probleme iliskin kurulan ag yapisinda, ayni seviyede belirtilen iliskiler
icin ilave hiyerarsi basamaklar1 olusturulur. Boylece AAP yontemine benzer
mantikla olusturulan ag yapis1t AHP’de kullanilan hiyerarsik yapiya doniistiiriilmiis

olur. S6z konusu doniisiim asagida Sekil 4.5°de ifade edilmektedir.

Amag
A A

1. Faktor ( ’) 2. Faktor (< ) 3. Faktor n. Faktor

) o S
1.Alternatif 2.Alternatif ... m..Alternatif

Amag
1. Faktor 2. Faktor 3. Faktor n. Faktor

2.F1 2.F2
1.Fr 3.Fr
Alternatifler
1.Alternatif 2. Alternatif | ....... m..Alternatif

Sekil 4.5. Ag yapisinin hiyerarsik yapiya doniistiiriilmesi
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Yukarida Sekil 4.5’de verilmis olan ag yapisinda 2.faktor, 1. ve 3. faktorlerden
etkilenmektedir. Bu iliski hiyerarsik yapida ifade edilirken 2. faktor “2F1” ve “2F2”
olmak {iizere iki alt faktore ayrilmistir. 2F1 alt faktoriinde s6z konusu ana faktoriin
alternatiflerle iliskileri ifade edilirken, 2F2 alt faktoriinde 2. faktoriin 1. ve 3. faktorle

olan iligkileri ifade edilmektedir.

Olusturulan 2F2 alt faktorii ise 1. ve 3. ana faktorlerin 2. ana faktor iizerindeki

etkisini ifade eden 1Fr ve 3Fr alt faktorlerine ayrilir.

Adim 3: ikili karsilastirma matrislerinin olusturulmasi

Bu asamada amaca gore faktorlerin, faktorlere gore alt faktorlerin, faktorler ve alt
faktorler arasi iligkilerin ve alternatiflerin degerlendirildigi ikili karsilastirma
matrisleri AHP ve AAP’ de kullanilan mantikla olusturulur. Faktorler ve
alternatiflere iliskin agirliklar AHP yonteminde oldugu gibi hesaplanir. Yukarida
Sekil 4.5°de verilen doniisiimiin gergeklestirilmesi amaciyla oncelikle amaca gore
ana faktorlerin degerlendirilmesi yapilmakta, daha sonra 1,3...n. ana faktorlerine
gore alternatifler degerlendirilmektedir. Sonra diger faktorlerle iliskili olan 2. faktore
gore 2F1 ve 2F2’nin degerlendirilmesi yapilmaktadir. S6z konusu degerlendirmede
2F1 ve 2F2 alt faktorlerine 0,5 agirlik degeri verilmelidir. Boylece faktor iizerinde
alternatifler i¢in yapilan degerlendirme ve diger faktorlerle iliskiler dikkate alinarak

yapilan degerlendirme esit etkiye sahip olmaktadir.

Bu kisimdan sonra 2F1’e gore alternatifler degerlendirilmekte ve burada olusturulan
matris ag yapisinda 2. ana faktore gore alternatiflerin degerlendirilmesi igin
kullanilan matrisle aym1 degerlere sahip olmaktadir. Daha sonra 2F2’ye gore 1Fr ve
3Fr degerlendirilmekte ve boylece 2. faktor iizerinde 1. ve 3. faktorlerin etkileri

karsilastirilmaktadir.

En son kisimda ise 1Fr ve 3Fr'ye gore alternatiflerin degerlendirildigi ikili
karsilastirma matrisleri olusturulmaktadir. Bu matrisler 1. ve 3. ana faktorlere gore

alternatiflerin degerlendirildigi matrislerle ayni degerlere sahiptir.
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Adim 4: En iyi alternatifin secimi

Yapilan hesaplamalar sonucunda en agirliga sahip olan alternatif en iyi alternatiftir.

En biiyiik agirlik degerine sahip faktor ise karar1 en fazla etkileyen faktordiir.

4.3.2. Doniisiim yonteminin AHP ve AAP ile karsilastirilmasi

Bu boliimde gelistirilen doniisiim yOnteminin diger cok olgiitli karar verme
teknikleri ile karsilastirilmasi hususu ele alinmaktadir. Bu amagla s6z konusu yontem
AHP ve AAP ile ayni Ornek {iizerinde uygulanmis ve elde edilen sonuglar

degerlendirilerek yontemin avantaj ve dezavantajlari aragtirilmistir.

Doniisiim yontemine iliskin 6rnek

ABC firmasi yeni bir fabrika kurmak amaciyla X, Y ve Z bolgelerini
degerlendirmektedir. S6z konusu degerlendirmede dikkate alinan faktorler, Pazara
yakinlik (PY), Hammaddeye yakinhk (HY), Altyapt (AY) ve Isgiicii (IG) olarak

belirlenmistir.

Probleme iliskin hiyerarsik yap1 asagida Sekil 4.6’da verildigi gibi olusturulmustur.

En lyi Bolge Secimi

PY HY AY IG

Bolge X Bolge Y Bolge Z

Sekil 4.6. ABC firmasi bolge secimi problemi icin olusturulan hiyerarsik model
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Probleme iligkin hiyerarsi olusturulduktan sonra 6gelerin agirliklarinin belirlenmesi
gerekir. Ik olarak; karar verici icin, dort faktoriin ana amag olan en iyi bolge
secimini saglamadaki agirliklart belirlenir. Karar vericinin tercih degerleri tespit

edildiginde asagida Cizelge 4.6’da verilen ikili karsilastirma matrisi elde edilir.

Cizelge 4.6. Birinci diizey i¢in ikili karsilagtirmalar matrisi

AMAC PY HY AY iG
PY 1 1 2 4
HY 1 1 3 5
AY 12 173 1 2
iG 1/4 1/5 172 1

S6z konusu matris kullanilarak, faktorlerin ana amaca gore agirliklart belirlemek
ikinci adimdir. Cizelge 4.6’daki matris verileri kullanilarak asagida Cizelge 4.7°de

verilen faktor agirliklan elde edilir.

Cizelge 4.7. Birinci diizeye iliskin agirliklar

FAKTOR Agirhik
PY 0,350
HY 0,410
AY 0,158
iG 0,082

Bu durumda ana amaci en fazla etkileyen faktor % 41 ile hammaddeye yakinliktir.
Bu faktorii % 35 ile pazara yakinlik ve % 15,8 ile altyap: faktorleri izlemektedir.
Karar wverici igin bolgedeki isgiicii durumu ana amag¢ igin segenekleri
degerlendirirken en az onem verdigi faktordiir. Birinci diizey i¢in olusturulan ikili
karsilastirmalar matrisi i¢in tutarlilik oram1 % 0,58 olarak bulunur. Tutarlilik oram
%10'dan kiiciik oldugu igin yapilan degerlendirmelerin anlamli oldugu

sOylenebilmektedir.
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Bu asamadan sonra yapilmasi1 gereken, ikinci diizey i¢in aym tiir karsilastirmalar
yapmaktir. Diger bir deyisle alternatiflerin faktorler acisindan ikili karsilastiriimalar
s0z konusudur. Cizelge 4.8 - Cizelge 4.11°de sirasiyla pazara yakinlik, hammaddeye
yakinlik, altyapi ve isgiicii faktorleri acisindan X, Y ve Z alternatiflerinin

degerlendirildigi ikili karsilastirma matrisleri verilmistir.

Cizelge 4.8. Pazara yakinlik faktorii i¢in ikili karsilastirmalar matrisi

PY Bolge X Bolge Y Bolge Z
Bolge X 1 1/5 2
Bolge Y 5 1 6
Bolge Z 172 1/6 1

Cizelge 4.9. Hammaddeye yakinlik faktorii icin ikili karsilagtirmalar matrisi

HY Bolge X Bolge Y Bolge Z
Bolge X 1 2 5
Bolge Y 1/2 1 3
Bolge Z 1/5 1/3 1

Cizelge 4.10. Altyap1 faktorii igin ikili karsilastirmalar matrisi

AY Bolge X Bolge Y Bolge Z
Bolge X 1 2 1/5
Bolge Y 172 1 1/8
Bolge Z 5 8 1

Cizelge 4.11. Isgiicii faktorii igin ikili karsilastirmalar matrisi

IG Bolge X Bolge Y Bolge Z
Bolge X 1 5 4
Bolge Y 1/5 1 1
Bolge Z 1/4 1 1
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S6z konusu matrislerden hareketle hesaplanan agirlik degerleri asagida Cizelge

4.12’de verilmistir.

Cizelge 4.12. Faktorlere gore alternatiflerin agirlik degerleri

Alternatif Wpy Why Way Wic
Bolge X 0,172 0,582 0,162 0,691
Bolge Y 0,726 0,309 0,087 0,149
Bolge Z 0,102 0,109 0,751 0,160

Ikinci diizey ikili karsilastirmalar matrisleri igin hesaplanan tutarlilik oranlar
sirasiyla % 3, % 0,4, % 0,5 ve % 0,5 olup tiim degerlendirmelerin anlamli oldugu

sOylenebilmektedir.

Bir sonraki asamada yapilmasi gereken alternatifler icin toplam agirliklar
hesaplamaktir. Alternatiflerin toplam agirliklarinin bulunmasi i¢in, her alternatifin
faktorlere gore agirliklarimi s6z konusu faktorlerin amag agisindan agirliklan ile
carpip elde edilen carpim degerlerini birbirleriyle toplamak gerekir. Ornegin X
alternatifinin pazara yakinlik, hammaddeye yakinlik, altyap1 ve isgiicii faktorlerine
gore agirhigr sirasiyla 0,172, 0,582, 0,162 ve 0,691°dir. Bu agirhik degerleri
faktorlerin amac¢ agisindan agirliklar: ile carpilip, carpimlarin toplami alimirsa X
alternatifi icin toplam agirlik; 0,172 x 0,350 + 0,582 x 0,410 + 0,162 x 0,158 + 0,691
x 0,082 = 0,381 olarak bulunur. Benzer islemler diger alternatifler i¢in yapildiginda
asagida Cizelge 4.13’de verilen toplam agirlik degerleri bulunmus olur. Cizelge 4.13
incelendiginde, sonuglara bagli olarak, karar vericinin yeni fabrikay1 Y bolgesinde

kurmay1 tercih edecegi anlagilmaktadir.

Cizelge 4.13. Alternatiflerin toplam agirlik degerleri

Alternatif Agirlik
Bolge X 0,381

Bolge Y 0,407

Bolge Z 0,212
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S6z konusu problemde pazara yakinlik faktoriiniin, hammaddeye yakinlik ve altyapi
faktorlerinden etkilendigi, ayrica hammaddeye yakinlik faktoriiniin de pazara
yakinlik ve isgiicii faktorii ile iliskili oldugu varsayilmistir. Bu durumda probleme

iliskin hiyerarsi yapis1 agagida Sekil 4.7’de verilen ag yapisina doniisecektir.

En Iyi Bolge Se¢imi

PY HY AY IG

A
A 4

Bolge X Bolge Y Bolge Z

Sekil 4.7. ABC firmasi bolge secimi problemi icin olusturulan ag yapisi

S6z konusu durumda daha ©Once amaca gore faktorlerin degerlendirildigi ikili
karsilastirma matrisi (Bkz. Cizelge 4.6) ile alternatiflerin faktorlere gore
degerlendirildigi matrislere (Bkz. Cizelge 4.8 - 4.11) ek olarak, faktorlerin
kendilerini etkileyen diger faktorler acisindan degerlendirildigi ikili karsilastirma
matrisleri olugturulmalidir. Pazara yakinlik ve hammaddeye yakinlik faktorleri diger
faktorlerden etkilenmekte olup ilgili ikili karsilagtirma matrisleri asagida Cizelge

4.14 ve Cizelge 4.15’de verilmistir.

Cizelge 4.14. Pazara yakinlik faktorii AAP ikili karsilastirma matrisi

PY HY AY Agirhik
HY 1 3 0,750
AY 1/3 1 0,250
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Cizelge 4.15. Hammaddeye yakinlik faktorii AAP ikili kargilagtirma matrisi

HY PY iG Agirlik
PY 1 1/4 0,200
iG 4 1 0,800

Olusturulan ikili karsilagtirma matrislerinden hareketle hesaplanan agirlik degerleri

kullanilarak asagida Cizelge 4.16’da verilen baslangi¢ siipermatrisi olusturulur.

Cizelge 4.16. Baslangi¢ siipermatrisi

SM Ama¢ | PY HY AY iG X Y Z

Amag | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,000 |0,000 |0,000 | 0,000 | 0,000

PY 0,350 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

HY 0,410 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,000 | 0,000

AY 0,158 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000

iG 0,082 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,000 |0,000

X 0,000 | 0,172 | 0,582 | 0,162 | 0,691 | 1,000 | 0,000 | 0,000

Y 0,000 | 0,726 | 0,309 | 0,087 | 0,149 | 0,000 | 1,000 | 0,000

Z 0,000 | 0,102 | 0,109 | 0,751 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 1,000

Baslangic siipermatrisinin siitun toplamlar bir olacak sekilde normallestirilmesi ile
olusturulan normallestirilmis stipermatris asagida Cizelge 4.17°de, s6z konusu
matrisin yiiksek dereceden kuvveti alinarak olusturulan sinirlandirilmis siipermatrisi

Cizelge 4.18’de verilmistir.

Smirlandirilmis siipermatris alternatiflere iliskin bilesik goreli onem degerlerini

gostermektedir.
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Cizelge 4.17. Normallestirilmis slipermatris

SM Ama¢ | PY HY AY iG X Y v4

Amag | 6000 [ 0,000 [0,000 |[0000 |0000 |0000 |0000 0,000
PY 0,350 | 0,000 | 0,100 {0,000 |0,000 |0,000 |0,000 0,000
HY 0,410 | 0,375 | 0,000 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 0,000
AY 0,158 | 0,125 | 0,000 {0,000 |0,000 |0,000 |0,000 0,000
IG 0,082 | 0,000 | 0,400 |0,000 |0,000 |0,000 |0,000 0,000
X 0,000 | 0,08 |0291 |0162 |0,691 |1,000 |0,000 | 0,000
Y 0,000 | 0,363 |0,155 |0087 |0,149 |0,000 | 1,000 | 0,000
Z 0,000 | 0,051 |0055 |0751 |0,160 |0,000 |0,000 | 1,000

Cizelge 4.18. Sinirlandirilmis siipermatris

SM Ama¢ | PY HY AY iG X Y z

Amag 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
AY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
iG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
X 0,444 0,331 0,601 0,162 0,691 1,000 0,000 0,000

0,298 0,472 0,261 0,087 0,149 0,000 1,000 0,000

0,257 0,197 0,138 0,751 0,160 0,000 0,000 1,000

Elde edilen sonuglar incelendiginde X, Y ve Z alternatiflerine iliskin agirlik
degerlerinin sirasiyla 0,444, 0,298 ve 0,257 oldugu goriilmektedir. Bu durumda karar

vericinin fabrikay1 X bolgesinde kurma karar1 almas1 gerekmektedir.

S6z konusu problemin doniisiim yontemi ile c¢oziilebilmesi i¢in daha ©nce
olusturulan ag yapis1 asagida Sekil 4.8’de verildigi gibi hiyerarsik yapiya

doniistiiriiliir.
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En lyi Bolge Segimi

PY ¢ » HY AY iG
Bolge X Bolge Y Bolge Z
En Iyi Bolge Segimi
PY HY AY iG
PY1 PY2 HY1 HY2
HYr AYr PYr IGr
Bolge X Bolge Y Bolge Z

Sekil 4.8. ABC firmasi bolge secimi problemi i¢in ag yapisinin hiyerarsik yapiya

doniistiiriilmesi

Doniisiim yonteminde, amaca gore faktorlerin degerlendirildigi ikili karsilagtirma

matrisi daha 6nce AHP ve AAP i¢in olusturulan matrisle (Bkz. Cizelge 4.6) aynmdir.
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AY ve IG faktorleri acisindan alternatiflerin degerlendirildigi ikili karsilastirma
matrisleri (Bkz. Cizelge 4.10, Cizelge 4.11) de herhangi bir degisiklige gerek
olmaksizin kullanilabilir yapidadir. Ancak PY ve HY faktorleri icin alt faktorler aras
ikili kargilastirma matrislerinin olusturulmasi gereklidir. S6z konusu matrisler

asagida Cizelge 4.19 ve Cizelge 4.20’de verilmistir.

Cizelge 4.19. Pazara yakinlik faktorii doniisiim yontemi ikili karsilastirma matrisi

PY PY1 PY2 Agirlik
PY1 1 1 0,500
PY2 1 1 0,500

Cizelge 4.20. Hammaddeye yakinlik faktorii doniisiim yontemi ikili karsilastirma

matrisi
HY HY1 HY?2 Agirlik
HY1 1 1 0,500
HY?2 1 1 0,500

Pazara yakinlik ve hammaddeye yakinlik agisindan alternatiflerin degerlendirildigi
ikili karsilastirma matrisleri PY1 ve HY1 daha 6nce AHP metodunda olusturulan
matrislerle (Bkz. Cizelge 4.8, Cizelge 4.9) aym degerlere sahiptir. Faktorler arasi
iliskileri ifade eden PY2 ve HY2 matrisleri ise AAP i¢in olusturulan matrislerin
(Bkz. Cizelge 4.14, Cizelge 4.15) aynisidir. Hiyerarsinin en altinda yer alan
faktorlere gore alternatiflerin degerlendirildigi HYr, AYr, PYr ve IGr matrisleri ise
alternatiflerin ana faktorler agisindan degerlendirildigi matrisler (Bkz. Cizelge 4.8 -

4.11) ile aym degerlere sahiptir.

S6z konusu matrislerden elde edilen agirlik degerleri kullanilarak alternatiflere
iliskin toplam agirliklar hesaplanir. X alternatifine iliskin toplam agirlik degeri; 0,35
x (0,5 x 0,172 + 0,5 x (0,75 x 0,582 + 0,25 x 0,162)) + 0,41 x (0,5 x 0,582 + 0,5 x
0,2 x 0,172 + 0,8 x 0,691)) + 0,158 x 0,162 + 0,082 x 0,691 = 0,435 olarak

hesaplanir.
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Benzer sekilde Y ve Z alternatiflerinin toplam agirhik degerleri sirasiyla 0,315 ve

0,250 olarak hesaplanir. Fabrika yeri i¢in en uygun alternatif X bolgesidir

S6z konusu problemin AHP, AAP ve doniisiim yontemi ile ¢oziilmesi ile elde edilen

sonuclardan hareketle asagidaki degerlendirmeler yapilabilmektedir.

Doéniisiim yontemi ¢ok olciitlii karar problemlerinde ayni diizeydeki faktor veya alt
faktorler arasindaki iligkilerin de hesaplamalara katilmasi  durumunda
kullanilabilecek bir yontemdir. Ayni zamanda AHP yOnteminin modelleme ve
¢Oziim mantifina sahiptir. Bu nedenle s6z konusu yontemin AHP ile AAP’nin

avantajlarini birlestiren bir yani oldugu soylenebilir.

Karar problemine iligkin olusturulan modeldeki ag yapisini hiyerarsik yapida ifade
etme imkéni saglayan doniisiim yontemi, bdylece c¢oOziimiin AHP yodntemindeki
mantikla yapilabilmesini saglayarak AHP yazilimlarinin kullanilmasinit miimkiin hale
getirmektedir. Bu durum o6zellikle ¢ok fazla sayida faktor alt faktor ve alternatif
iceren problemlerde fayda saglayabilir. AAP’de kullanilan stipermatrislerin yiiksek
dereceden kuvvetinin alinmasi islemleri oOzellikle biiyiikk problemlerde ¢6ziim
zamaninin artmasina neden olmaktadir. Ancak AHP’de kullanilan hiyerarsik yapiya
dayanan hesaplamalar model kurulurken yazilim tarafindan adim adim
yapilmaktadir. Bu nedenle bir probleme iliskin model kuruldugu anda ¢6ziim
otomatik olarak karsimiza c¢ikmaktadir. Bununla birlikte doniisim yOntemi bir
faktoriin ayn1 diizeyde diger faktorlerle iliskisini ifade edebilmek amaciyla modele 2
hiyerarsik basamagin ilave edilmesine yol a¢maktadir. Bu durumda modelleme
asamasinin AAP’den daha fazla zaman alacagi soOylenebilir. Bu nedenle
siipermatrislere iliskin kuvvet alma islemlerinin kisa zamanda yapilabilecegi

problemlerde doniisiim yonteminin kullanilmasi dezavantaj olusturabilecektir.

Doniisiim yontemi AAP ile elde edilen sonuglara yakin sonuglar iiretmektedir.
Yontemin AAP ile karsilagtirllmasi amaciyla bes 6rnek problem incelenmis ve elde

edilen sonuclar agsagida Cizelge 4.21’de verilmistir.
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Cizelge 4.21. Doniigiim yontemi ve AAP ile elde edilen sonuglarin karsilagtiriimasi

No | Alternatif Faktor Ayni Diizeyde Sonuglar
Sayisi Sayisi Miskili Eleman AAP DY
1 3 3 2 Altl : 0,534 Altl : 0,523

Al2:0217 | Al2:0,223
Al3: 0249 | Al3: 0,254
2 5 3 2 Altl : 0,082 | Altl : 0,078
Al2: 0,478 | Al2 : 0,499
Al3:0,112 | Al3:0.133
Altd: 0,057 | Al2: 0,039
Alt5: 0271 | Ali3: 0,251
3 3 7 2 Altl: 0,301 | Altl : 0,275
Al2:0249 | Al2: 0,261
Al3: 0,450 | Ali3 : 0,464
4 3 3 4 Altl : 0,642 | Altl : 0,631
Al2: 0,103 | Al2 : 0,094
Al3: 0255 | Al3: 0,275
5 3 4 2 Altl: 0,315 | Altl : 0,312
Al2:0335 | Al2:0,345
Al3: 0350 | Al3:0,343

Elde edilen sonuglara incelendiginde doniisiim yonteminin tiim problemlerde AAP
ile elde edilen agirlik degerlerine yakin sonuclar verdigi gdzlemlenmektedir. Ayrica
bes problemin dordiinde alternatifler ayni siralamaya sahiptir. Ancak birbirine yakin
agirlik degerlerinin elde edildigi problemlerde kiiciik degisikliklerin alternatiflerin
siralamasini degistirecegi ve doniisiim yontemi ile elde edilen sonucun AAP’den elde
edilen sonuctan farkli olabilecegi degerlendirilmektedir. Elde edilen sonuglarin
AAP’ye yakinligi hususunda alternatif, faktor veya iliskili eleman sayisindaki

degisimin belirgin bir etkisi gozlemlenememistir.

Sonug¢ olarak doniisiim yonteminden elde edilen sonuglar AAP’ye yakin olmakla
birlikte kesinlik ve tam bir gecerlilik arz etmemektedir. Bu nedenle s6z konusu
yontem AAP’nin gerektirdigi siipermatris islemlerinin zaman acisindan ekonomik

olmadig1 durumlarda basvurulabilecek sezgisel bir yontem olarak nitelendirilebilir.
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5.KFY VE COK OLCUTLU KARAR VERME TEKNIiKLERININ
BUTUNLESIK OLARAK KULLANILMASI

Giintimiizde karmasik ve ¢ok unsurlu problemleri ¢6zmede kullanilan KFY ve cok
oOlciitlii karar verme tekniklerinin karar verme siireci icin giicli ve zayif yanlar

bulunmaktadir.

Literatiire bakildiginda KFY ve c¢ok olciitlii karar verme tekniklerinin bir arada
kullanildiklar1 calismalar goriilmektedir. Bu boliimde KFY ve c¢ok ol¢iitlii karar
verme tekniklerinin bir arada kullanilarak s6z konusu tekniklerin avantajli

ozelliklerinden faydalanan iki yontem iizerinde durulmustur.

Yontem A olarak adlandirilan ilk yontem cok olgiitlii karar verme tekniklerinin
kullanildig bir karar verme siirecinde alternatifleri degerlendirmek i¢in kullanilacak
faktorlerin belirlenmesi asamasinda, kelimelerle ifade edilen istek ve diisiincelerin
KFY araciligi ile ¢ok olgiitlii karar verme tekniklerinde yapilan hesaplamalara dahil
edilmesini saglamaktadir. Yontem B ise KFY metodunda miisteri istekleri ve teknik
ihtiyaclar arasindaki iliskilerin belirlenmesi asamasinda cesitli degerleri ifade eden
semboller yerine iliskilerin cok oOl¢iitlii karar verme teknikleri kullanilarak
olusturulmasin1 saglayarak, daha tutarli ve etkin hesaplamalarin yapilabilmesine
olanak tamimaktadir. Diger bir ifade ile Yontem A ¢ok Oolgiitlii karar verme
tekniklerinin karar problemlerinde kalitatif degerlendirmeleri ifade etmedeki
zayifligim1 KFY kullanimu ile azaltmay1, Yontem B ise KFY’deki miisteri istekleri ve
teknik ihtiyaglar arasindaki iliskileri ifade ederken yapilan hesaplamalar1 daha tutarl

hale getirmeyi amaclamaktadir.
5.1. Yontem A
Bu yontemde KFY’den elde edilen c¢iktilar AHP’de girdi olarak kullanilmaktadir.

Ana yontem AHP olup KFY nihai ¢oziime yardimci olan bir ara¢ niteligindedir.

Asagida Sekil 5.1’de yontemler aras1 kurulan iliski goriilmektedir.
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KFY de belirlenen teknik ihtiyaglar AHP’de faktor veya alt faktor olarak ele
alinmaktadir. KFY’de teknik ihtiyaglara iligkin bulunan bagil 6nem degeri oranlar
AHP de faktor agirhigi olarak hesaplamalara katilmaktadir. Belirlenen faktor veya alt

faktorlere gore alternatifleri degerlendiren ikili karsilasirma  matrisleri

olusturulduktan sonra AHP ile c¢Oziime ulasilip amaca en uygun alternatif

secilmektedir.

— - _.-'h.
N
/
\
Alt Al Al At |y Al Al !
Falddr Faldir Falir Faldir « | Faktir Faktor | ¢
~ - h
1 Alternatif 2 Alternatif m Alternatif
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Bagil Gmera (7 ) ENENENENENENES S
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Sekil 5.1. Yontem A’da AHP ve KFY arasinda kurulan iliski
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AHP c¢oziimiinde yazilim kullanim1 6zellikle faktor ve/veya alternatif sayisinin fazla
olmasi durumunda islem zamaninmin kisaltilmasi acisindan faydalidir. Ayrica elle
¢oziimde yapilan yuvarlamalardan kaynaklanan kiiciik sapmalar bazi durumlarda
karar vericiyi yaniltabilmektedir. Bu nedenle ¢tziimde yazilim kullanimi tavsiye

edilmektedir.

Karar verme siirecinde alternatifleri degerlendirmek i¢in kullanilacak faktorlerin
belirlenmesi en ¢ok zorlanilan ve bilimselligi tartisilan konulardan biridir. KFY’de
yer alan miisteri istekleri bir alternatiften beklenen ozelliklerin en basit kelimelerle
ifade edilmis halinden olusmaktadir. Burada bahsedilen istekleri gerceklestirmek igin

ise bazi teknik sartlar1 veya ihtiyaclari yerine getirmek gerekir.

Cogunlukla teknik ihtiya¢ niteli§indeki maddeler kantitatif degerlendirme i¢in daha
uygundur. Ancak insanlar belirli alternatifleri ¢ogunlukla bu teknik ihtiya¢larin
yerine getirilmesi sonucunda karsilanan miisteri istekleri ile degerlendirirler. Ornegin
ic adet icecekten en saglikli olanm se¢cmek isterler. Ancak bu istegi karsilamak igin

kullanilan karisim sentetik madde orani teknik ihtiyacindan bahsetmeyebilirler.

Diger taraftan ii¢ alternatif icecegi saglikli olma acgisindan degerlendirmek
istedigimizde kullanabilecegimiz yontem kalitatif tabanli olacak ve dolayisiyla
bilimsellikten uzaklasacaktir. Yine aynmi ornek icin l.icecek 2. icecege gore 3 kat
daha saglikli diyerek ikili karsilastirma matrisi olusturulacak, ancak kime ve neye
gore li¢ kat daha saglikli oldugu konusu agiklik kazanmayacaktir. Diger taraftan
karisim sentetik madde oranlari birbirleri ile karsilastirilabilir ve bu oranlamaya baglh
olarak olusturulacak ikili karsilagtirma matrisi daha objektif ve dolayisiyla da

belirsizligi daha diisiik bir yapida olacaktir.

Yontem A’vya iliskin 6rnek

Bir fabrikada 6glen yemekleri i¢in alinan catering hizmeti ile ilgili olarak en uygun

firmanin  secilmesi istenmektedir. Bu kapsamda ¢ alternatif firmanin
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degerlendirilmesi i¢in yonetim istekleri ve c¢alisan istekleri olmak iizere iki ana faktor

belirlenmistir.

Yonetim istekleri, yonetiminin alternatifleri degerlendirirken dikkate alacagi finansal
bazl faktor olup fiyat, prestij ve teslim zamani alt faktorlerine ayrilmaktadir. Calisan
istekleri ise fabrika personelinin aldiklarn yemek servisi ile ilgili istekleri ve
diisiincelerini ifade etmektedir. Personelin memnuniyeti i¢in ¢alisan isteklerinin de
biiyiik oOl¢iide dikkate alimmasi gereklidir. Ciinkii yemek servisinin miisterisi
konumunda olanlar firma calisanlaridir. Dolayisiyla alternatiflerin

degerlendirilmesinde yogun bir sekilde firma calisanlarinin sesine kulak verilmelidir.
Ana faktorlerin amaca gore agirliklan ikili karsilastirma matrisi ile belirlenmistir.
Asagida Cizelge 5.1’de amaca gore ana faktorlerin degerlendirildigi ikili

karsilasgtirma matrisi goriilmektedir.

Cizelge 5.1. Amaca gore ana faktorlerin degerlendirildigi ikili karsilagtirma matrisi

Amag Calisan Istekleri Yonetim Istekleri Agirlik
Calisan Istekleri 1 2 0,667
Yonetim Istekleri 172 1 0,333

Tutarlilik Oran1 = 0.00

Yonetim istekleri alt faktorlerinin birbirlerine gére onem dereceleri ikili karsilagtirma
matrisi ile belirlenmistir. Asagida Cizelge 5.2’de yonetim istekleri alt faktorlerine

iliskin ikili karsilagtirma matrisi goriilmektedir.

Cizelge 5.2. Yonetim istekleri faktoriine gore alt faktorlerin degerlendirildigi ikili
karsilagtirma matrisi

Yonetim Istekleri Fiyat Prestij Teslim Zamani Agirlik
Fiyat 1 4 2 0,571
Prestij 1/4 1 172 0,143
Teslim Zamani 12 2 1 0,286
Tutarlilik Orani= 0.00
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Calisan isteklerinin alt faktorlerinin neler oldugunun ve bu alt faktorlerin
agirliklarinin belirlenmesinde KFY yontemi kullanilmigtir. Daha sonra elde edilen
sonuclar AHP yontemiyle devam edilen ¢oziim siirecinde girdi olarak kullanilmistir.
Dolayisiyla KFY’nin amaglara gore uyarlanmis sekli calismada yardimci bir arag
niteligindedir. Bu nedenle izlenen adimlar standart KFY adimlarindan bazi

farkliliklar gostermektedir.

Calisanlarin beklentileri, yemek ya da yemek servisi 6zelliklerine iligkin istekleridir.
Bu isteklerin calisanlarin kendi kelimeleriyle ifade edilmesi onemlidir. Ciinkii daha
sonra yapilacak tiim caligmalar bu asamada belirlenmis unsurlar tarafindan
yonlendirilecektir. Calisanlarin istekleri belirlenirken calisanlar goriislerini organize
bir sekilde agiklamadiklarindan ¢alisan beklentileri daginik haldedir. Bu istekler
hizmetin farkli boliimlerine ait olan isteklerdir. Bu asamada calisanlarin isteklerinin
onem seviyeleri de belirlenir. Probleme iliskin olarak belirlenen calisan istekleri ve

onem dereceleri asagida Cizelge 5.3’de verilmistir.

Cizelge 5.3. Calisan istekleri ve 6nem seviyeleri

Calisan Istekleri Onem Derecesi

Doyuruculuk 9
Cesitlilik

Temizlik

Tazelik

Yemek kuyrugunda az bekleme

Servis personelin davranislar

N B B~ O O

Servis ortaminin kalitesi

Calisanlarin goziiyle 6nem ve memnuniyet derecelerinin belirlenmesi tek basina
gercekci bir planlama yapabilmek igin yeterli degildir. Aym zamanda hizmetin
mevcut durumunun aragtirtlmasi gerekmektedir. S6z konusu isteklere iliskin mevcut
durum, calisma sonrasi ulagilmak istenen kalite diizeyi, iyilestirme oran1 ve mutlak

agirlik degerleri daha once verilen Es. 3.1 ve Es. 3.2°ye gore hesaplanir. Yapilan
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hesaplamalar sonucunda olusturulan miisteri algilamasi matrisi asagida Cizelge

5.4’de verilmistir.

Cizelge 5.4. Catering firmasi se¢imi icin olusturulan miisteri algilamas1 matrisi

‘7 3 A

O ° = =

8 5.8 £ é . &

o) 3] = H

a) 5 2 g z g <

g S E = =0 =

2 S = = E
Doyuruculuk 9 6,075 9,000 0,481 4,333
Cesitlilik 8 3,850 7,000 0,818 6,545
Temizlik 6 4,013 6,000 0,495 2,972
Tazelik 6 3,975 5,000 0,258 1,547
Yemek kuyrugunda az bekleme 4 2,150 4,000 0,860 3,442
Servis personelinin davranislari 4 1,775 3,000 0,690 2,761
Servis ortaminin kalitesi 2 1,013 2,000 0,975 1,951

Daha sonra calisan isteklerini gerceklestirmek icin gerekli olan teknik ihtiyaglar

belirlenir. S6z konusu teknik ihtiyaglar asagida Cizelge 5.5°de verilmistir.

Cizelge 5.5. Catering firmas1 se¢imi i¢in belirlenen teknik ihtiyaglar

Teknik Ihtiyaglar
o B o -
8 E E=I =] — ‘= (5} E %
2 =i =) 28 |= 2 & < 5 oo g
= QO O 0 &= s » 9 < A o L S '7A
= SN EZS |[E=SX ~4 5 2 2 g £ 8
£ S= | s 2|58 E ez 22| 3=
N 20 ~ g |lE s e ©v » o5 w S
19) ESEEN] i) g9 > .4 R=I3) R
£ eS| E2 |5 H E 2 chal =
b5y 5] < - ) 5} M Q
D 2 — %) %)

Bir sonraki adimda calisanlarin istekleri ve belirlenen teknik ihtiyaclar arsindaki
iligkiler belirlenir. Kararlar, iligkilerin giiciinii belirtecek say1 degerleri kullanarak
matrise kaydedilir. Giiclii bir iligki i¢in 9 rakami, orta diizeyde bir iligki icin 5 rakami
ve zayif bir iliski icin bir 1 rakami kullanilmustir. Iliskilerin belirlenmesindeki amacg,
calisan istekleri ile onemli oranda iligkili olan teknik ihtiyaclar1 vurgulamaktir.
Calisan istekleri ve teknik ihtiyaglar arasindaki iliskiler asagida Cizelge 5.6’da

verilmistir.
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Cizelge 5.6. Calisan istekleri ile teknik ihtiyaglar arasindaki iliskiler

TEKNIK IHTIYACLAR
g . - 5 2 g
g .- 25 .S = -
Sz 28 | 22 | E2Z |§z| 25| 3% | B3
> O EXx = 5= (S 3 = o 8 z 2
Ez| 22 | 58| £Eg |ES| 23| =22 o=
=E e8| E2 | mES =B £7 | 28 g4
g ° T = s 5 v 5
7] [95] M 75]
Doyuruculuk 1 5 9
Cesitlilik 1
Temizlik 9 5 1
Tazelik 5 1 1
Yemek kuyrugunda az
9 5
bekleme
Servis personelin 9
davranislari
Servis ortaminin
o 5 9
kalitesi

Bir sonraki adimda her bir teknik ihtiyaca iliskin mutlak ve bagil énem degerleri
daha Once verilen Es 3.3. ve Es. 3.4’e gore hesaplanir. Teknik ihtiyaclara iliskin

mutlak ve bagil onem degerleri asagida Cizelge 5.7°de verilmistir.

Cizelge 5.7. Teknik ihtiyaglarin mutlak ve bagil onem degerlerinin hesaplanmasi

13
Teknik ihtiyaglar g = z g = P g o
e 2 |Eclzs| 25| £ |2 |22 B 2
= S 8| ©& s 9 S g - 2 S BD
as) s = == g 2 L3 |« & g8 <
= SZE[ 28| 8§72 = 8| eg| B2 ~
& 2T 25| Z§ 38D 23|25 L35 2
= z S| E8] £ X 2 = =8 £ =
: : 5 5°| LS = 5 3 S = =
Calisan istekleri N %2 3 -t @ M A =
m
Doyuruculuk 1 5 9 4,333
Cesitlilik 9 1 6,545
Temizlik 9 5 1 5 2,972
Tazelik 5 1 1 1,547
Yemek kuyrugunda az 9 5 3,442
bekleme
Servis personelin 9 2761
davraniglari
Servis ortaminin kalitesi 5 9 1,951
Mutlak Onem 26,748 | 22,596 | 64,790 | 28,212 39,000 | 30,977 | 54,779 | 33,963
Bagil Onem 8,884 | 7,505 | 21,520 | 9,371 12,954 | 10,289 | 18,195 | 11,281
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Hangi siitunlara ait teknik ihtiyaclar daha yiiksek bagil 6nem degerine sahipse o
teknik ihtiyaclar {izerinde daha fazla durulur. Bagil o6nem degerleri AHP’de

agirliklarinin belirlenmesinde kullanilir.
Bir sonraki adimda teknik ihtiyaclar arasindaki iligskiler ortaya konulur. Tiim bu
asamalar sonucunda olusturulan kalite evinin tamami asagida Cizelge 5.8’de

verilmistir.

Cizelge 5.8. Yontem A’ya iliskin kalite evi

Korelasyonlar Tliski
Bos : Iliski yok. | Anahtar:
0 : Kuvvetli 1:Zayif
olumlu. 5:Orta
xx : Kuvvetli 9:Giiglii
olumsuz.
O : Zayif
olumlu.
x : Zayif
olumsuz.
Teknik ihtiyaglar k= = % Z % g % é
g E: |25 |E5 | & |2 2 2 =
= 5 5 3 = 38 = ) ~ g 9
e EE |58 | EX | ¥ g 2 g <
£ <= = g E & = 2 Z £ v
i) » 0 = 550 Q R=)
9 E8 | BEE | &2 | ¢ & @ z 5
5 3° | =< |z g z EN £
Calisan istekleri - = - Z hs E 2
m n < ) =
N 1%}
Doyuruculuk 1 5 9 4,333
Cesitlilik 9 1 6,545
Temizlik 9 5 1 5 2,972
Tazelik 5 1 1 1,547
Yemek Kuyrugunda Az 9 5 3442
Bekleme
Servis Personelinin 9 2761
Davraniglart
Servis Ortaminin Kalitesi 5 9 1,951
Mutlak 6nem 26,748 | 22,596 | 64,790 | 28,212 | 39,000 | 30,977 | 54,779 | 33,963
Bagil 6nem[%] 8,884 | 7,505 21,520 | 9,371 12,954 | 10,289 | 18,195 | 11,281

KFY’den elde edilen bagil 6énem degerleri AHP’de alt faktér agirliklart olarak
belirlenmistir. Asagida Cizelge 5.9°da calisan istekleri alt faktor agirliklar

goriilmektedir.



Cizelge 5.9. Calisan istekleri alt faktor agirliklar

Faktor Agirlik
Yemegin Hijyeni 0,088
Servis Aracinin Ozellikleri 0,075
Birbirini Tamamlayan Yemekler 0,215
Yemegin Kalorisi 0,094
Servis Personeli Sayisi 0,130
Kalifiye Servis Personeli 0,182
Servis Ekipmaninin Kalitesi 0,113

Bu hesaplamalar sonucunda karar probleminin hiyerarsisi asagida

goriildiigii gibi olusturulmustur.
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Sekil 5.2°de
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Sekil 5.2. En uygun firmanin se¢imine iligkin hiyerarsik yap1
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Bir sonraki adimda her alt faktor icin ikili karsilastirma matrisleri olusturulur.

Asagida Cizelge 5.10°da fiyat alt faktorii ikili karsilastirma matrisi verilmistir.

Cizelge 5.10. Fiyat alt faktorii ikili karsilastirma matrisi

Fiyat A firmasi B firmasi C firmasi
A firmasi 1 4 4
B firmasi 1/4 1 1
C firmasi 1/4 1 1

Her bir alt faktor icin benzer sekilde olusturulan ikili karsilastirma matrislerinden
hareketle yapilan hesaplamalar ile asagida Cizelge 5.11°de verilen agirlik degerleri

elde edilmistir.

Cizelge 5.11. Alternatifler ve agirlik degerleri

Alternatif Agirhik
A firmasi 0,381
B firmasi 0,327
C firmasi 0,292

Cizelge 5.11°de goriildiigii izere se¢ilmesi gereken alternatif 0,381 agirlik degerine

sahip olan A firmasidir.

5.2. Yontem B

Bu yontemde kullanilan ana teknik KFY dir. Cok olgiitlii karar verme teknikleri ise

KFY’nin ¢esitli asamalarinda arag¢ olarak kullanilmaktadir.
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S6z konusu teknikler arasi kurulan iliski asagida Sekil 5.3 ve Cizelge 5.12°de

verilmistir.
Korel
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Sekil 5.3. Yontem B’ye iliskin birinci iligki gosterimi
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KFY metodunda miisteri istekleri ve teknik ihtiyaclar arasindaki iliskilerin
belirlenmesi asamasinda cesitli degerleri ifade eden semboller yerine iligkilerin ¢ok
Olciitlii karar verme teknikleri ile olusturulmasi daha tutarli ve etkin hesaplamalarin

yapilabilmesi agisindan faydali olacaktir.

KFY’de belirlenen her bir teknik ihtiyag¢ i¢in miisteri ihtiyaclarinin karsilastirildigi
ikili karsilagtirma matrisleri olusturulur. Olusturulan matrisin faktor agirliklar
hesaplanir. Bu faktor agirliklar bir teknik ihtiyacin miisteri istekleri ile olan iliski

derecesini belirtir.

Cizelge 5.12. Yontem B’ye iliskin ikinci iliski gosterimi

Faktir Agurhk
1. Magtern isteg Wl
2. Mugten isteg@ w2
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_ = |E |8 |2 ;é g - BN ;é & Rakip B
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KFY yonteminde miisteri istekleri ve teknik ihtiyaclar arasindaki iliskinin
belirlenmesi, icin ¢ok Olciitlii karar verme tekniklerinin kullanilmasi yapilan

hesaplamalarin gegerliligi ve tutarlilig1 agisindan faydalidir.
Miisteri isteklerinin kendi arasinda iliskili oldugu durumlarda AAP ydnteminin
kullanilmasi1 daha uygundur. Aksi takdirde AHP yonteminin kullanilmasi hesaplama

zamaninin azaltilmasi ac¢isindan daha faydalidir.

Yontem B’ve iliskin 6rnek

ABC firmas1 dondurma iiretimi yapmakta olup s6z konusu iiriine iliskin olarak KFY
uygulamak istemektedir. Firmanin iiriine iliskin olarak pazar arastirmasi ve anket
caligmas1 gibi yontemlerle tiiketici ihtiyaclarin1 degerlendirdigini ve analizler
sonucunda gruplama yaparak asagida Cizelge 5.13’de verilen miisteri isteklerini ve

onem derecelerini belirledigi varsayilmaktadir.

Cizelge 5.13. ABC miisterilerinin istekleri ve 6nem dereceleri

Miisteri Istekleri Onem derecesi
Cabuk erimeme 4
Temizlik 5
Lezzet 2
Dogallik 2
Cesitlilik 3

Onem seviyeleri belirlenirken 1’den 5’e kadar olan lgek kullanilmis olup 1 rakam

en diisiik, 5 rakami da en yiiksek 6nem seviyesini temsil etmektedir.

Bir sonraki adim, dondurma iireticisi ABC firmasi ile XXX ve YYY rakip
firmalarmin miisteri istekleri agisindan mevcut durumunun degerlendirilmesi,
planlanan kalite diizeyinden hareketle iyilestirme oraninin hesaplanmasi ve satig
avantajinin belirlenmesini iceren miisteri algilamasi analizi matrisinin olusturulma

asamasidir.
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Bu asamada sonunda her bir miisteri istegine iliskin mutlak agirlik degerleri

hesaplanarak kalite evinin ilgili kismina yerlestirilir.

Dondurma miisterilerine iligkin miisteri algilamasi analizi matrisi asagida Cizelge

5.14°de verilmistir.

Cizelge 5.14. Dondurma miisterilerine iliskin miisteri algilamasi analizi matrisi

(7) Nl N @ :

2|z E 3 ElB E|]Z - <
CIZ2ERERER B |E L.
3| S Z Sgsglz BEz|Z =
P z |zl 2|< EE Z2| Z S5 3
R 25 ES5ES 23RSz FE &
A lEz EzEREEZR 2R g EBO
= |2 = K Sk SIS XE Z = <

2 |2 ERKEEERE  |E

5 = = = S
Cabuk erimeme 4 2 4 4 4 1 1,2 4,8
Temizlik 5 4 2 4 5 0,25 1,2 1,5
Lezzet 2 3 3 2 5 0,67 1,5 | 2,01
Dogallik 2 4 2 4 5 0,25 1 0,5
Cesitlilik 3 3 2 4 4 0,33 1,5 1,49

Miisterilerin rekabete yonelik degerlendirmelerine iligkin grafik gosterimi asagida
Cizelge 5.15°de verilmistir. Siyah kareler ABC, yuvarlaklar XXX, iicgenler YYY

firmasini temsil etmektedir.

Cizelge 5.15. Dondurma miisterilerinin degerlendirmelerinin sematik gosterimi

1% MUSTERILERIN REKABETE YONELIK

m - . .

2 DEGERLENDIRMELERI

&

a

=

m

5 1 2 3 4 5

Cabuk erimeme 4 ] oA
Temizlik 5 o mA
Lezzet 2 A mO

Dogallik 2 o mA
Cesitlilik 3 0 " A




63

Bir sonraki adimda belirtilen miisteri istekleri ve teknik ihtiyaglar arasindaki iliskileri
belirlemek icin AHP yontemi kullamilarak her bir teknik ihtiyaca gore miisteri
isteklerini karsilastiran ikili karsilastirma matrisleri olusturulur. Ikili karsilastirma
matrislerinde daha 6nce verilen Saaty Olgedi (Bkz. Cizelge 4.1) kullanilmaktadir.
Dogal aroma orani, iiretimde otomasyon orani ve siit oram teknik ihtiyaclar igin
olusturulan ikili karsilastirma matrisleri asagida sirasiyla Cizelge 5.16 - Cizelge
5.18’de verilmistir. S6z konusu ikili karsilastirma matrisleri sirasiyla 0,03, 0,06, 0,03
tutarlilik oranmina sahiptir. Tiim degerler 0,1’den kiiciik olup matrisler yeterli

tutarliliga sahiptir.

Cizelge 5.16. Dogal aroma orani ikili karsilastirma matrisi

Dogal Cabuk Temizlik Lezzet Dogallik | Cesitlilik

aroma erimeme

orani

Cabuk 1 1/3 1/5 1/7 1
erimeme
Temizlik 3 1 1/3 1/5 3

Lezzet 5 3 1 1/3 5
Dogallik 7 5 3 1 7
Cesitlilik 1 1/3 1/5 1/7 1

Cizelge 5.17. Uretimde otomasyon orani ikili karsilastirma matrisi

Uretimde Cabuk Temizlik Lezzet Dogallik | Cesitlilik
otomasyon | erimeme
orant
Cabuk 1 1/7 2 1 172
erimeme
Temizlik 7 1 5 7 4
Lezzet 1/2 1/5 1 2 1
Dogallik 1 1/7 172 1 1
Cesitlilik 2 1/4 1 1 1




Cizelge 5.18. Siit oram ikili karsilagtirma matrisi

Siit orant Cabuk erimeme Temizlik | Lezzet | Dogallik Cesitlilik
Cabuk erimeme 1 6 1/3 172 5
Temizlik 1/6 1 1/8 1/5 1
Lezzet 3 8 1 3 9
Dogallik 2 5 1/3 1 4
Cesitlilik 1/5 1 1/9 1/4 1

Sok sogutma sicakligi, tatlandirici oran1 ve ambalaj kalitesi teknik ihtiyaglart icin
olusturulan ikili karsilastirma matrisleri asagida sirasiyla Cizelge 5.19 - Cizelge
5.21°de verilmistir. S6z konusu ikili karsilastirma matrisleri sirastyla 0,05, 0,03 ve

0,02 tutarlilik oranina sahiptir.

Cizelge 5.19. Sok sogutma sicakligi ikili karsilagtirma matrisi

Sok sogutma Cabuk Temizlik Lezzet Dogallik Cesitlilik
sicakligi erimeme
Cabuk 1 7 5 6 8
erimeme
Temizlik 1/7 1 1/4 1/3 2
Lezzet 1/5 4 1 2 4
Dogallik 1/6 3 172 1 3
Cesitlilik 1/8 1/2 1/4 1/3 1
Cizelge 5.20. Tatlandiric1 orani ikili karsilastirma matrisi
Tatlandirict Cabuk Temizlik Lezzet Dogallik Cesitlilik
orant erimeme
Cabuk 1 1 1/3 1/4 1/8
erimeme
Temizlik 1 1 1/4 1/5 1/9
Lezzet 3 4 1 172 1/6
Dogallik 4 5 2 1 1/4
Cesitlilik 8 9 6 4 1
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Cizelge 5.21. Ambalaj kalitesi ikili karsilastirma matrisi

Ambalaj Cabuk Temizlik Lezzet Dogallik Cesitlilik
kalitesi erimeme
Cabuk 1 2 6 7 8
erimeme
Temizlik 172 1 4 5 6
Lezzet 1/6 1/4 1 2 3
Dogallik 1/7 1/5 172 1 2
Cesitlilik 1/8 1/6 1/3 12 1

Olusturulan ikili karsilastirma matrislerinden hareketle her bir teknik ihtiyac icin
miisteri isteklerinin agirliklart hesaplanarak asagida Cizelge 5.22°de verilen iliski

matrisi olusturulur.

Cizelge 5.22. Iliski matrisi

Dogal Uretimde | Siit oram Sok Tatlandiric1 | Ambalaj
aroma otomasyon sogutma orant kalitesi
orani orani sicaklig
Cabuk 0,053 0,106 0,188 0,584 0,051 0,490
erimeme
Temizlik | 0,122 0,567 0,045 0,062 0,045 0,301
Lezzet 0,258 0,110 0,490 0,187 0,128 0,101
Dogallik | 0,514 0,087 0,230 0,122 0,200 0,065
Cesitlilik | 0,053 0,129 0,047 0,045 0,576 0,043

Iliski matrisindeki degerlerden hareketle, teknik ihtiyaclara iliskin mutlak ve bagil
onem degerleri KFY’ nin normal isleyisine uygun olarak hesaplanir. S6z konusu
hesaplamalar sonucu elde edilen mutlak ve bagil 6nem degerleri asagida Cizelge

5.23’de verilmistir.
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Cizelge 5.23. Mutlak ve bagil 6nem degerleri

TEKNIK IHTIYACLAR

= =

g - b= -

g 5 = | B- | x

g S s ° = =

. E g |23

g S | E &5 | B Fa | Z

= E < = 8 -_ [=] =) <

, g | S z | = 2F | =

g g3 5 <5 = € 2 =

a D B A A = = = =
Cabuk erimeme 0,053 | 0,106 | 0,188 | 0,584 | 0,051 | 0,490 | 4.8
Temizlik 0,122 | 0,567 | 0,045 | 0,062 | 0,045 | 0,301 | 15
Lezzet 0,258 | 0,110 | 0,490 | 0,187 | 0,128 | 0,101 | 2,01
Dogallik 0,514 | 0,087 | 0230 | 0,122 | 0,200 | 0,065 | 0.5
Cesitlilik 0,053 | 0,129 | 0,047 | 0,045 | 0,576 | 0,043 | 1,49
Mutlak Onem 1292 | 1,816 | 2,140 | 3,400 | 1,528 | 3,103
Bagil Onem[ %] 0,097 | 0,137 | 0,161 | 0256 | 0,115 | 0,234

Bir sonraki adimda teknik ihtiyaglar arasindaki iligkiler asagida Sekil 5.4’de verildigi

sekilde belirlenerek kalite evinin ilgili kismina yerlestirilmistir.

Hiski seviyesi
o XXN\¢"
Bos : 1liski yok . .
. XX
0 : Kuvvetli olumlu 0
O : Zayif olumlu B
= |8 = g
S| > g |z g
. 5 | 3 < S l1e7
xx : Kuvvetli olumsuz | 2 | £ = |Egm ° |5
28 £ |&H5| 8 |&€
g @] g S )%‘0 < =) — =
- Zavif ol 5 |w 8 s |2 S| 8 % i
X : Zayif olumsuz = |2 Z|%% 5 |2d
a |k B
e Z

Sekil 5.4. Dondurma iiretimi i¢in teknik ihtiyaglar arasi iligkiler

Teknik ihtiyaclar arasindaki iliskiler belirlendikten sonra rakiplerle karsilastirma

yapilmis ve hedef degerler asagida Cizelge 5.24’de verildigi gibi belirlenmistir.
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Cizelge 5.24. ABC firmasinin rakiplerle karsilastirtlmas: ve hedeflerin belirlenmesi

(T
- | g 5D £
5 > = b= Z 0
= « < < —_—
S | g = | 2| 8 | ZE
S o = < i 5 s -
o = pe) =
) 5 S g 'c_e ?
S |8 S
£
Mutlak onem
1292 | 1,816 | 2,140 | 3,400 | 1,528 | 3,103
Bagil 6 %
agil onem [ % ] 0,097 | 0,137 | 0.161 | 0.256 | 0,115 | 0,234
g Geligsmenin yonii T T T ¢ ¢ ¢
S
5 ABC
S .. | Firmasi
2|8 0,03 | 050 | 030 | 60 | 020 | 2
2|2
2| =
£ 135 [ XXX
= :8 Firmasi
5| 0,05 | 020 | 035 | -100 | 0,15 | 1
He) =
-
3 |2 [YYY
£ | # | Firmas 0,01 | 0,60 | 025 | 90 | 025 | 2
&
Hedef degerler 0,06 | 0,70 | 0,35 | -100 | 0,10 | 1
Olgii birimi o Sintf
- - - - mi

Tiim adimlar béylece tamamlanmis ve ornege iliskin olarak olusturulan nihai kalite

evi asagida Cizelge 5.25°de verilmistir.

Elde edilen sonuglar incelendiginde en biiyiik bagil onem degerine sahip olan sok
sogutma sicakligi ve ambalaj kalitesi teknik ihtiyaclarinin iiriin kalitesi iizerinde en

biiyiik etkiye sahip oldugu goriilmektedir.
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Cizelge 5.25. ABC firmas1 dondurma {iiretimine iligkin kalite evi

Korelasyonlar
Bos : Iliski yok.
0 : Kuvvetli olumlu.
xx : Kuvvetli olumsuz.
O : Zayif olumlu.
XXM 0 x : Zayif olumsuz.
X X
XX O —
Miisterilerin rekabete
yonelik degerlendirmeleri
Teknik = | 8 ] = |-« |m:ABC
a o g z e g e .
ihtiyaclar z 8 g - B3 5 2% 0: XXX ~
s | g | gz | E s 5 |27 A:YYY =
g g S 8 S g = ‘Ta E >80
Miisteri g 5 g E = £ £ =
. . [0} = — =
ihtiyaglar1 : 5 R =) 3 ~ 1 2 3 45 §
Cabuk erimeme 0,053 | 0,106 | 0,188 | 0,584 | 0,051 | 0,490 o
4 | 4.8
A
Temizlik 0,122 | 0,567 | 0,045 | 0,062 | 0,045 | 0,301 |
3 0 1,5
A
Lezzet 0,258 | 0,110 | 0,490 | 0,187 | 0,128 | 0,101 ]
5 A 2,01
0
Dogallik 0,514 | 0,087 | 0,230 | 0,122 | 0,200 | 0,065 u
5 o 0,5
A
Cesitlilik 4 | 0,053 0,129 | 0,047 | 0,045 | 0,576 | 0,043 o|m|A 1,49
Mutlak 6nem 1,292 | 1,816 | 2,140 | 3,400 | 1,528 | 3,103
Bagil énem [ % ] 0,097 | 0,137 | 0,161 | 0,256 | 0,115 | 0,234
Gelismenin Iliski Anahtari
-’é yonii T T T ¢ ¢ ¢
f‘g ° ABC A : Zayif
x E|x 0,03 | 0,50 | 0,30 | -60 | 020 | 2 O: Orta
© B L 0 : Giiglu
= = 5 ¢
D 0|09 =
>l 02| XXX
243 b 0,05 | 0,20 | 0,35 | -100 | 0,15 1
0 ‘0 >
282
v <
s |2 YYY
R~ 0,01 | 0,60 | 0,25 90 | 0,25 2
Hedef degerler 0,06 | 0,70 | 0,35 | -100 | 0,10 | 1
Olgii birimi R - - C° - siif

Ayni problemde AHP yerine AAP kullamlarak miisteri istekleri ve tiiketici

ihtiyaglar1 arasindaki iliskilerin yami sira tiiketici ihtiyacglarinin kendi arasindaki
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iliskiler de hesaplamalara dahil edilebilir. Teknik ihtiyaclar arasindaki iliskiler
asagida Sekil 5.5°de goriilmektedir.

Dogal aroma Siit orani Uretimde

orani otomasyon orani
Sok sogutma Ambealaj kalitesi
sicaklig1

Tatlandirici
orant

Sekil 5.5.Teknik ihtiyaclar arasindaki iliskiler

Teknik ihtiyaclardan biri kendi kendini de etkilemekte olup her biri en az bir diger
teknik ihtiyacla iliskilidir. Iliski diizeyleri ikili karsilastirma matrisleri ile
belirlenirken iliskinin olumlu ya da olumsuz olmasi hesaplamalar etkilememekte ve
normal KFY’de oldugu gibi ifade edilmektedir. Daha 6nce miisteri istekleri ile teknik
ihtiyaglar arasindaki iliskileri ifade etmek igin olusturulan ikili kargilastirma
matrislerine ek olarak teknik ihtiyaglarin her birinin digerleriyle olan iliskisini ifade

etmek icin 6 adet ilave matris olusturulur.
Dogal aroma orani, iiretimde otomasyon orani ve siit oram teknik ihtiyaclar igin
olusturulan ikili karsilastirma matrisleri asagida sirasiyla Cizelge 5.26 — Cizelge

5.28’de verilmistir.

Cizelge 5.26. Dogal aroma oran1 AAP ikili karsilastirma matrisi

Dogal aroma Siit Orani Sok Sogutma Tatlandirict Agirlik
orani Sicaklig1 Orant
Siit Oram 1 4 2 0,588
Sok Sogutma 1/4 1 1/3 0,122
Sicaklig1
Tatlandirict 172 3 1 0,320
Orant
Tutarlilik Oran1 = 0,02




Cizelge 5.27. Uretimde otomasyon oran1 AAP ikili karsilagtirma matrisi

Uretimde Tatlandiric Ambalaj Agirlik
orant kalitesi
otomasyon
orani
Tatlandirici 1 1/5 0,167
orani
Ambalaj 5 1 0,833
kalitesi
Tutarlilik Oranm = 0,00
Cizelge 5.28. Siit oran1 AAP ikili karsilagtirma matrisi
Siit oran1 Dogal aroma Tatlandirici Agirlik
orani orani
Dogal aroma 1 2 0,667
orani
Tatlandirict 172 1 0,333
orani
Tutarlilik Oran1 = 0,00

Tiim matrisler 0,1’den kiiciik tutarlilik oranmna sahiptir. Bu nedenle yapilan
degerlendirmelerin anlamli oldugu sdylenebilmektedir. Sok sogutma sicakligi,
tatlandirict1 oran1 ve ambalaj kalitesi teknik ihtiyaclar1 i¢in olusturulan ikili

karsilastirma matrisleri asagida sirasiyla Cizelge 5.29 — Cizelge 5.31°de verilmistir.

Cizelge 5.29. Sok sogutma sicakligit AAP ikili karsilagtirma matrisi

Sok sogutma Dogal aroma Sok sogutma Agirlik
sicakligi orani sicakligi
Dogal aroma 1 172 0,333
orant
Sok sogutma 2 1 0,667
sicakligi
Tutarlilik Oran1 = 0,00




Cizelge 5.30. Tatlandirict oram1 AAP ikili karsilastirma matrisi

Tatlandirict Dogal aroma Uretimde Siit orant Agirlik
orani orani otomasyon
orani
Dogal aroma 1 5 3 0,637
orani
Uretimde 1/5 1 1/3 0,105
otomasyon
orani
Siit orani 1/3 3 1 0,258

Tutarlilik Orani= 0,04

Cizelge 5.31. Ambalaj kalitesi AAP ikili karsilagtirma matrisi

Ambalaj kalitesi Uretimde Agirhik
otomasyon orani

Uretimde 1 1,000

otomasyon orani

Tutarlilik Orani= 0,00
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Ikili karsilastirma matrislerinden hareketle hesaplanan agirliklar kullanilarak asagida

Cizelge 5.32°de verilen baslangi¢ siipermatrisi olusturulmustur.

Cizelge 5.32. Baslangi¢ siipermatrisi

DAO | UOO | SO SSS | TO AK CE T L D C
DAO | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,333 | 0,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
U0O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
SO 0,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
$SS | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
TO 0,320 | 0,167 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
AK | 0,000 | 0,833 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
CE 0,053 | 0,106 | 0,188 | 0,584 | 0,051 | 0,490 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
T 0,122 | 0,567 | 0,045 | 0,062 | 0,045 | 0,301 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
L 0,258 | 0,110 | 0,490 | 0,187 | 0,128 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
D 0,514 | 0,087 | 0,230 | 0,122 | 0,200 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
C 0,053 | 0,129 | 0,047 | 0,045 | 0,576 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
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S6z konusu siipermatris siitun toplamlar1 1 olacak sekilde normallestirilerek Cizelge

5.33’de verilen matris elde edilmistir.

Cizelge 5.33. Normallestirilmis slipermatris

DAO | UOO | SO SSS TO AK CE T L D C
DAO 0,000 | 0,000 | 0,334 | 0,167 | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
S0 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
§SS8 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
TO 0,158 | 0,084 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
AK 0,000 | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
CE 0,026 | 0,053 | 0,094 | 0,292 | 0,026 | 0,245 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
T 0,060 | 0,284 | 0,023 | 0,031 | 0,023 | 0,151 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
L 0,127 | 0,055 | 0,245 | 0,094 | 0,064 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
D 0,253 | 0,044 | 0,115 | 0,061 | 0,100 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
¢ 0,026 | 0,065 | 0,024 | 0,023 | 0,288 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000

Elde edilen matrisin yiiksek dereceden kuvveti alinarak

verilen sinirlandirilmis siipermatris elde edilmistir.

Cizelge 5.34. Siirlandirilmis siipermatris

asagida Cizelge 5.34°de

DAO | UOO | SO SSS | TO AK CE T L D C
DAO 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
U00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 [ 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
SO 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
$SS 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
TO 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
AK 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
CE 0,111 | 0,206 | 0,146 | 0,466 | 0,091 | 0,348 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
T 0,098 | 0,448 | 0,070 | 0,071 | 0,087 | 0,375 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
L 0,281 | 0,118 | 0,374 | 0,212 | 0,208 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000
D 0,391 | 0,101 | 0,290 | 0,190 | 0,267 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000
Cesit | 0,121 | 0,131 | 0,123 | 0,065 | 0,349 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000
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Smirlandirilmis siipermatriste isaretlenmis kisimda hesaplanmisg degerler KFY’de
miisteri istekleri ve tiiketici ihtiyaglar1 arasindaki iligki diizeyleri olarak alinmistir.

S6z konusu hesaplamalar sonucu elde edilen mutlak ve bagil 6nem degerleri asagida

Cizelge 5.35’de verilmistir.

Cizelge 5.35. Mutlak ve bagil 6nem degerleri

TEKNIK 1HT1YACLAR

g g 2o |
Cabuk erimeme 0,111 | 0,206 | 0,146 | 0,466 | 0,091 | 0,348 | 4.8
Temizlik 0,098 | 0448 | 0,070 | 0,071 | 0,087 | 0375 | 15
Lezzet 0281 | 0,118 | 0374 |0212 | 0,208 | 0,110 | 2,01
Dogallik 0,391 | 0,101 | 0290 | 0,190 | 0,267 | 0,084 | 05
Cesitlilik 0,121 | 0,131 | 0,123 | 0,065 | 0,349 | 0,087 | 1,49
Mutlak Onem 1,620 | 2,144 | 1,886 | 2,961 | 1,639 | 2,626
Bagil Onem[ %] 0,126 | 0,166 | 0,146 | 0230 | 0,127 | 0204

Bundan sonraki adimlar AHP yontemi kullanilarak yapilan hesaplamalarla ayni
sekilde uygulanir. Elde edilen sonuglar incelendiginde en biiyiik bagil 6nem degerine
sahip olan sok sogutma sicakligi ve ambalaj kalitesi teknik ihtiyaclarinin iiriin
kalitesi iizerinde en biiyilk etkiye sahip oldugu goriilmektedir. Ancak teknik
ihtiyaclar arasi iligkilerin etkisi nedeniyle dogal aroma orani, iiretimde otomasyon
oran1 ve tatlandirici oram teknik ihtiyaclarinin bagil onem degerlerinde AHP ile elde
edilen sonuglara gore artig, siit orami teknik ihtiyacina iliskin bagil onem degerinde

ise azalma meydana gelmistir.
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6. TS EN ISO IEC 17025 STANDARDI VE LABORATUAR
AKREDITASYONU

6.1. TS EN ISO IEC 17025 Standardi

TS EN ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarmin Yeterliligi Icin
Genel Sartlar adli standart kalibrasyon ve deney (test) hizmetleri veren laboratuarlar
i¢in hazirlanmig uluslar arasi bir standarttir. Bu standart, bir kalite yonetim sistemini
calistirdiklarini, teknik olarak yeterli olduklarint ve gecerli teknik sonuclar
iiretebildiklerini gostermek ve ispatlamak isteyen deney ve kalibrasyon
laboratuarlarinin saglamasi gereken biitiin sartlar1 icermektedir. Asagida Sekil 6.1°de

standardin olusumu gosterilmistir.

SO 9001
KALITE YONE TV SISTEMI

TEST /' KALIBRASYON
LABORATUARLARI | LABORATUARLARI
EN 45001 ISOJIEC 25

Sekil 6.1. TS EN ISO IEC 17025 standardinin olusumu

TS EN ISO IEC 17025 standardi ISO 9001 odakl1 kalite yonetim sistemi iizerine test
laboratuarlar1 igin gelistirilmis EN 45001 ve kalibrasyon laboratuarlar igin
gelistirilmis ISO IEC 25 standartlarinin  birlestirilip  genellestirilmesi ile
olusturulmustur. TS EN ISO IEC 17025 standardi, EN 45001 ve ISO/IEC 25
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standartlarinin yerini almistir. ISO 9001 standardinin bazi maddelerinin laboratuarlar
icin uyumlastirilmis halini icermekle beraber, bu standarttan daha ayrintili ve kati

kurallara sahip bir standarttir.

Asagida Sekil 6.2°de TS EN ISO IEC 17025 standardinin tarihsel gelisimi
gosterilmistir. Standardin 1999 yilinda yapilan ilk baskisinda ISO 9001:1994 ve ISO
9002: 1994°e atifta bulunulmaktadir. Bu standartlarin yerini ISO 9001: 2000 almistir.
Bu degisiklik ISO/IEC 17025 standardinda da gerekli diizeltmelerin yapilmasini
gerekli kilmistir. Standardin 2005 baskisinda, ISO 9001’in 15181 altinda gerekli olan

maddelerde degisiklikler yapilmis veya yeni baz1 maddeler eklenmistir.

ISO/IEC 17025
Deney ve
Kalibrasyon
Laboratuvarlarinn
yeteriligi icin Genel
Sartlar
IS0 EN 2001
ISO/IEC 17025
Deney ve
Kalibrasyon A
Labaratuvarlarinin :
Yeterliligi icin Genel
Gartlar
Is[?/ IEC 25 150 EN 9001
ehey ve
Kalibrasyon IS0 EN 9002
EN 45001 Laboratuvarlarinn A
Akraditasvon Yeterliligi icin :
Genel Kritsgrler Gene| Gartlar
Deney
Laboratuvarlarinn
Galistinimas icin
1989 1990 1994 1999 2000 2005
|

Sekil 6.2. TS EN ISO IEC 17025 standardinin tarihsel gelisimi

Deney ve kalibrasyon laboratuarlarinin teknik yeterliligini taniyan akreditasyon
kuruluslar1, laboratuarlarla ilgili degerlendirmelerini bu standardi esas alarak
yapmaktadir. Standardin 4 numarali genel maddeleri, kusursuz bir yonetim igin
gereken sartlart belirtirken 5 numarali maddeler ise, laboratuarin yaptigi cesitli
testlerin ve/veya kalibrasyonlarin teknik yeterliligini gostermek igin saglamasi

gereken sartlar belirtmektedir.
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Yonetim sistemlerinin kullanimindaki gelismeler, biiyiikk kuruluslarin pargasini
olusturan veya baska hizmetler de sunan laboratuarlarin genel olarak hem ISO
9001°e hem de bu standarda uygun oldugu bilinen bir kalite yonetim sistemine gore
caligmalarinin saglanmasina olan ihtiyaci artirmistir. Bu nedenle, laboratuarin
yonetim sistemi kapsamina giren test ve kalibrasyon hizmetlerinin kapsamiyla ilgili
ISO 9001’in biitiin sartlarinin birlestirilmesine 6zen gosterilmistir. Bu nedenle, TS
EN ISO IEC 17025 standardina uygun olan deney ve kalibrasyon laboratuarlari, TS
EN ISO 9001 standardina da uygun olarak calistirilir. Ancak laboratuarin kalite
yonetim sisteminin ISO 9001’in sartlarina uygunlugu, laboratuarin teknik olarak
gecerli veriler ve sonuclar sunma konusundaki yeterliligini gdstermemektedir. Test
ve kalibrasyon sonuglarinin iilkeler arasinda kabul edilmesi, ancak laboratuarlar bu
standarda uygun iseler ve bu standardi kullanarak bagska iilkelerdeki esdeger
kuruluslarla karsilikli tanima sozlesmeleri yapan akreditasyon kuruluslan tarafindan
akredite edilmislerse miimkiin olacaktir. Bu standardin kullanilmasi, laboratuarlar ve
diger kuruluslar arasinda isbirligi olusturacak ve bilgi ve tecriibenin karsilikli
degisimine, standartlarin ve calisma prosediirlerinin birbirleriyle uyumlu hale
getirilmesine yardimci olacaktir. Asagida Sekil 6.3’de TS EN ISO IEC 17025

standard1 2005 baskisinin ana maddeleri verilmistir.

1 Kapsam S Teknik Gereklilikler
2 MNormatif Referanslar 5.1 Genel
2 Terimler ve Tammlar 5.2 Persaonel
A Yanetim Gereklilikleri 5.2 Werlesim ve Cevwre Kosullarn
4.1 Organizasyon 5 4 Test Metotlar we Wetotlarin
4 2 Kalite Sistemi Secerll Kilinmasi
4.3 Dokiaman Kontrold 5.5 Cihazlar
4.4 Talep, Teklif ve 5.6 Qlgumlerin Izlenebilirlidi
Sozlesmelerin 5.7 Mumune Alma
Gazden Gegirilmesi 5.8 DeneyiKalibrasyon Numunelerinin
4 5 Deney f Kalibrasyonun Tasinmasi
Taserona Yerlmeasi wve MNakli
4 6 Satin alma Hizmetler wve 5.9 DeneyiKalibrasyon Sonuglarinin
Dionanim Falitesinin Temini
4.7 Mlsteriyve Hizmet 510 Sonuglarin Yorumlanmasi

4.8 Sikayetler

4.9 Uygun Olmayan
Deney/alibrasyonun Kontrold

410 Sarekli iyvilestirme

411 Dizeltici Faaliyvet

412 Onlevici Faaliyet waney tse org tr
A 13 Wayitlann Kontroli WA TS0, 0rg

4 14 i Denetim wiiy (ec ch

A 15 Yanetim GaFden Gegirmeasi

Sekil 6.3. TS EN ISO IEC 17025 standardi ana maddeleri
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6.2. Laboratuar Akreditasyonu

Laboratuar akreditasyonu nedir? Neden gerekir?

Laboratuar akreditasyonu, bir laboratuarin belirli testleri/kalibrasyonlart veya
bunlarin belirli tiplerini gerceklestirme yeteneginin yetkili kurumlarca taninmasidir.
Akreditasyon; teknik yeterliligin ispati, test/kalibrasyon sonuglarmin giivenilirligi,
test/kalibrasyon raporlarinin uluslararas1 gegerliligi, sayginlik ve rekabet giicii i¢in

gereklidir.

Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararasi diizenlemeler, bu konuda bir mecburiyet

getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen goniilliiliik esasina dayanmaktadir.

Bir laboratuar veya belgelendirme kurulusunun akredite olmasi ona itibar kazandirir.
Belgelendirme kuruluslar1 ve laboratuarlar; akreditasyonun disinda kalarak da
hayatlarim1 idame ettirebileceklerini, miisteri bulabileceklerini ve miisteriyi tatmin
edebileceklerini diigiiniiyorlarsa akredite olmadan da hizmet vermeye devam
edebilirler. Bununla birlikte serbest piyasa ekonomisinde kamu otoriteleri bazi
alanlarda akreditasyonu zorunlu uygulama haline getirebilmektedir. Asagida Sekil

6.4’de akreditasyon sertifikas1 6rnekleri verilmistir.

— Tha Fadasal Ragukils of Qas@many

o Vacn Dorpcrs A onam el Tectem Gede [¢] -
s ":'_::,.:N:;__ o e l[iJ muxms:#m%n KURUMU e
Duulsr.'lﬂ}ﬂ Ahkru‘.:lmngs Ral - ":"::““r
@ AKREDITASYON SERTIFiKASI
Accreditation

" LABORATUVARI

S EN ISO/IEC 170252000
redite GOiInig

Sekil 6.4. Akreditasyon sertifikas1 6rnekleri
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Akreditasyon kuruluslari

Ulusal ve uluslararas1 diizeyde faaliyet gosteren bircok akreditasyon kurulusu
mevcuttur. Asagida Cizelge 6.1°de bu kuruluslardan iilkemizde faaliyet gosteren
TURKAK ile uluslar arasi alanda faaliyet gosteren EA ve ILAC hakkinda kisa

bilgilere yer verilmistir.

Cizelge 6.1. Akreditasyon kuruluslar

TURKAK: Deney ve kalibrasyon laboratuarlarina
Tiirk Akreditasyon |  akreditasyon hizmeti vermektedir.
Kurumu Ulkemizdeki tek akreditasyon kurulusudur.
www.turkak.org.tr Verdigi akreditasyon sertifikalar1 uluslar arasi

gecerlilige sahiptir. TS-EN-ISO/IEC 17025
Standardina yonelik egitimler diizenlemekte

ve danismanlik hizmeti verilmektedir.

ILAC: Bircok degisik laboratuar akreditasyon yapisi
International ~Laboratory S -

Acereditation Cooperation arasinda  isbirligi saglar. Laboratuar
[Uluslararast akreditasyon uygulamalar1 ve prosediirleri

kﬁga?:::;i Birligi] icin diinya capinda bir forum niteligindedir.
Laboratuar akreditasyon sistemlerini
www.ilac.org gelistirmekte olan ilkelere damigmanlik
hizmeti verir. Diizenli olarak uluslar arasi

konferanslar organize eder.
EA: European| Avrupa iilkeleri akreditasyon kurumlari
Cooperation for | orgitidir. Haziran 2000’de  Hollanda
V"; - Accreditation kanunlarina gore kurulmustur. Uyeleri, AB
Er‘maﬁ:[f& [Akreditasyon fcin| veya EFTA iiye iilkelerinin veya aday
Avrupa Isbirligi] tilkelerin ulusal olarak taninan akreditasyon
WWW.european- kurumlaridir.  Diizenledigi  toplant1  ve
accreditation.org konferanslarla laboratuarlar arasi

koordinasyon ve iletisimin  gelismesine

yardimci olur.
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7. TS EN ISO IEC 17025 STANDARDININ KFY VE COK OLCUTLU
KARAR VERME TEKNIiKLERI iLE ANALIZi

Calismanin  bu bdlimiinde Telekomiinikasyon Kurumu Piyasa Gozetimi
Laboratuari’nda (PGL) yiiriitiilen akreditasyon calismalart icin TS EN ISO IEC
17025 standardi c¢ercevesinde kurulacak bir kalite yoOnetim sistemi ile ilgili
gerekliliklerin yerine getirilmesi, is giiciiniin planlanmasi, gerekli niteliklere sahip
personelin atanmasi1 ve standart gerekliliklerinin hangi faaliyetlerle karsilanacaginin
belirlenmesi amaciyla olusturulmus olan, ¢ok olciitlii karar verme teknikleri ve KFY
tekniklerinin biitiinlesik olarak kullanildigi bir yontem ve bu yontemin s6z konusu

laboratuarda uygulanmasi sonucunda elde edilen bulgular anlatilmistir.

Oncelikle TS EN ISO IEC 17025 standardi maddeleri KFY metodunda miisteri
istekleri olarak ele alinacaktir. Daha sonra s6z konusu ihtiyaglarin yerine getirilmesi
icin yapilmasi gereken faaliyetler belirlenecek ve KFY deki teknik ihtiyaclar olarak
degerlendirilecektir. KFY yontemi ile AAP ve doniisim metodu bir arada
kullanilarak s6z konusu gereklilikler ve yapilacak faaliyetler arasindaki iligkiler
kantitatif olarak ifade edilecek daha sonra KFY adimlar1 izlenerek yapilacak
faaliyetlerin bagil ©nemleri hesaplanacaktir. S6z konusu tekniklerin uygulama
adimlan ihtiyaca gore uyarlanmis olup standart isleyisinden farkli olarak bazi
adimlar atlanmistir. Olusturulacak kalite evi ile standart gerekliliklerinin tam olarak
karsilanmasi amaciyla yapilacak faaliyetlerin bagil 6nemleri birbirini olumlu yénde
etkilemeleri ve ya celismeleri dikkate aliarak TS EN ISO IEC 17025 odakl1 kalite
sisteminin kurulmasi1 ve siirekli gelisiminin saglanarak isletilmesi igin gerekli
personel dagilimi yapilacak, calisma gruplar belirlenecektir. Personel seciminde
KFY sonuglar1 ¢ok olgiitlii karar verme tekniklerinden AHP’de girdi olarak ele

aliacak ve alternatiflerin secimi i¢in AHP’de puanlama yontemi kullanilacaktir.

7.1. Laboratuarin Tamtim

Piyasa gozetimi faaliyetlerinin etkin ve siirdiiriilebilir olabilmesi igin

telekomiinikasyon sektoriinde iilkemizin ihtiyaglarina yonelik bir piyasa gozetim



80

laboratuarinin kurulmas1 amaciyla Tiirkiye-AB Mali Isbirligi kapsaminda yer alan
“Telekomiinikasyon Sektoriinde Piyasa Gozetimine Iliskin Fiziki Altyapinin
Gelistirilmesi” projesi hazirlanmistir. Bdylece, Telekomiinikasyon Kurumu
tarafindan yapilacak piyasa gozetimi ve denetimi faaliyetlerine imkén saglayacak bir
laboratuar altyapisinin olusturulmast Ongoriilmiistiir. Projenin toplam biitcesi 4,8
milyon Euro olup, proje biitgesinin 3,6 milyon Euro'su AB tarafindan
karsilanmaktadir. Proje kapsaminda PGL kurulum calismalari tamamlanmis olup
17.04.2007 tarihinde resmi acilis yapilarak test faaliyetlerine baslanmistir. Asagida

Resim 7.1°de PGL binasina ait bir goriintii verilmistir.

Resim 7.1. PGL binasi [Olcay, 2007]

Mevcut laboratuar altyapisi ile telsiz ve telekomiinikasyon terminal ekipmanlarina
elektromanyetik uyumluluk (EMC), radyo frekansi (RF), alcak gerilim direktifi
(LVD) ve ozgiil sogurma orani (SAR) testleri yapilmaktadir. Asagida Resim 7.2°de

PGL test odalarindan goriintiiler verilmistir.
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Resim 7.2. PGL test odalar1 [Olcay, 2007]

Laboratuarda yapilan testlerin giivenilirligi ve olusturulan test raporlarinin uluslar
aras1 gecerliliginin saglanmasi icin TS EN ISO IEC standardina gore akredite
edilmesi amaclanmaktadir. Bu kapsamda laboratuar kalite sistemi kurulum

calismalar1 devam etmektedir.

7.2. TS EN ISO IEC 17025 Standard: Maddelerinin Analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardi tim test ve kalibrasyon laboratuarlarina hitap
edecek sekilde olusturulmus uluslar aras1 bir standarttir. Bu c¢alismada standardin
maddelerinden hareketle yapilan ¢ikarimlar, alinan kararlar ve yapilan yorumlar
sadece PGL’nin mevcut yapisi i¢in gegerlidir. S6z konusu standardin uygulanmasi

her bir laboratuarda yiiriitiilen faaliyetlere gore farklilik gosterebilecektir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 1, 2 ve 3. maddeleri herhangi bir gereklilik
icermemekte olup aciklayict niteliktedir. Dolayisiyla analiz edilmesi gereken
maddeler “4 Yonetim Sartlar’” ve “5 Teknik Sartlar” maddeleridir. Standardin sz

konusu maddelerinde “NOT” bashg altinda aciklayici bilgiler verilmekte olup



herhangi bir gereklilikten bahsedilmemektedir. Bu nedenle bu kisimlar analiz

kapsaminda yer almamaktadir.

Standardin asagida Sekil 7.1°de verilen maddeleri KFY’deki miisteri istekleri olarak

ele alinmastir.

41 Organizasyon

4 2 Kalite Sistemi

4 3 Dolkiman Kontroli

4.4 Talep, Teklif ve
Sézlesmelerin
Gozden Gegirillmesi

4.5 Deney / Kalibrasyonun
Taserona Verilmesi

4 & Satin alma Hizmetleri ve
Cionanim

4 7 Migteriyve Hizmet

4 8 Sikayetler

4.9 Uygun Olmayan
Deney/kalibrasyonun Kontroli

410 Sirekli Iyilestirme

411 Dozeltici Faaliyet
12 Onleyic Faaliyet

3 Kayitlarin Kontroli

4,
4.1
414 ¢ Denetim
41

5 Wonetim Gozden Gegirmesi

5.1 Genel

5 2 Personel

5.3 Yerlesim ve Cevre Kosullan

S 4 Test Metotlar ve Metotlarin
Gecerli Kilinmas!

5.5 Cihazlar

56 Olcomlerin Izlenebiliflidi

5.7 Mumune Alma

5 8 Deneyfalibrasyon Mumunelerinin
Tasinmas|

we Malkli

5 9 Deneyfalibrasyon Sonuglarinin
Kalitesinin Termini

510 Sonuglarin Yorumlanmasi

Sekil 7.1. Miisteri istekleri olarak modellenen standart maddeleri

S6z konusu maddeler oncelikle asagida Cizelge 7.1’de verilen bes gruba ayrilmstir.

Cizelge 7.1.Standart maddelerinin gruplanmasi

No Tgili Maddeler Kisaltma
1 4.1-42-410-51-52 M1
2 43-44-45-4.13 M2
3 46-47-48-53-5.8 M3
4 49-4.11-4.12-4.14-4.15 M4
5 54-55-56-57-59-5.10 M5




83

Daha sonra gruplara iliskin 6nem dereceleri mevcut durum, planlanan kalite diizeyi
ve iyilestirme oraminin belirlendigi KFY’deki miisteri algilamasi analizi adimi
uygulanmistir. Tiim degerlendirmelerde 1-9 6lgegi kullamlmistir. S6z konusu
gruplara ait 6nem dereceleri laboratuar yonetimi ve laboratuar akreditasyonu
konusunda uzman kisilerin goriisleri dogrultusunda belirlenmistir. Mevcut durum,
standart maddelerinde belirtilen gerekliliklerin, laboratuarin i¢inde bulundugu durum
itibariyle ne ol¢iide karsilanmis oldugunu gostermektedir. Planlanan kalite diizeyi
tiim gruplar icin en iist seviyede belirlenmistir. Iyilestirme oran1 mevcut durumdan
ve planlanan duruma geciste ne kadar iyilestirme yapilacaginin oOlgiisiinii ifade
etmektedir. lyilestirme oram1 ve mutlak agirliklarin hesaplanmasinda daha once 3.
Boliimde verilen Es. 3.1 ve 3.2 kullanilmis olup, mutlak agirlik hesabinda satig

avantaji hesaplama disinda birakilmistir.

Gruplanmis standart maddelerine iliskin miisteri algilamas1 matrisi asagida Cizelge

7.2’de verilmistir.

Cizelge 7.2. Miisteri algilamas1 matrisi

z g 2 g 2

§ 1 2 z g e

L = ~ on

5} [a) = Q <

a 5 s é )

= 3 ks 2 =

(5 > S ks E

S = & z, =
M1 (4.1-42-4.10-5.1-5.2) 7 4 9 1,250 8,750
M2 (4.3-44-4.5-4.13) 4 2 9 3,500 14,000
M3 (4.6-4.7-4.8-53-5.8) 3 3 9 2,000 10,000
M4 (4.9-4.11-4.12 - 4.14 - 4.15) 7 5 9 0.800 5,600
M5(54-55-56-57-59-5.10) 9 3 9 2,000 18,000

Bir sonraki adimda standart maddeleri grup sirasina gore ele alinmig ve ilgili

gerekliliklerin yerine getirebilmek icin yapilmasi gereken faaliyetler belirlenmistir.
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7.2.1. Grup 1 analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde asagida

belirtilen ifadeler yer almaktadir.

“4.1.1 Laboratuar veya laboratuarin bagli oldugu kurulus, yasal olarak sorumlu
tutulabilecek bir kurum olmalidir.

4.1.2 Laboratuar, deney ve kalibrasyon g¢alismalarinin, bu standardin sartlarini
karsilamasindan, miisterinin ve taninmayr saglayan yasal otoritelerin veya
kuruluslarin ihtiyaglarina cevap verecek sekilde gergeklestirilmesinden sorumludur.
4.1.3 Laboratuarin yonetim sistemi, sabit tesislerinde, sabit tesislerinin disinda veya
baglantili olan gecici veya gezici tesislerinde yapilan ¢alismalar kapsamalidir.” [TS
EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelerde belirtilen gereklilikleri karsilamak i¢in olusturulacak
kalite el kitabinda ilgili maddelerde laboratuarin yasal statiisii tanimlanmali,
standardin TS EN ISO IEC 17025 standardina uygun bir kalite yonetim sisteminin
kurulmasi taahhiidii belirtilmelidir. PGL’de yiiriitillen tiim test faaliyetleri sadece
kurulu tesislerde gerceklestirildigi i¢in 4.1.3. maddesi ile ilgili olarak sadece durumu

Ozetleyen bir ciimlenin kalite el kitabinda belirtilmesi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.1.4 Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyon hizmetlerinden farkli faaliyetleri
bulunan bir kurulusun bir boliimii ise, laboratuarin deney ve/veya kalibrasyon
calismalarina katilan veya bu calismalart etkileyen kilit personelin sorumluluklari,
olabilecek gorev celiskilerini ortadan kaldiracak sekilde tanimlanmahdir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince tiim laboratuar personelinin sorumluluklarinin
tanimlandigt 3. seviye bir dokiiman olarak gorev sorumluluk formlari
olusturulmalidir. Tiim personel ayni zamanda birer Telekomiinikasyon Kurumu
calisam oldugu i¢in laboratuar personelinin diger gorevlerinden bagimsiz olarak ilgili

faaliyetleri stirdiirdiigiinii ifade eden bir ibare kalite el kitabinda yer almalidir.
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Olusturulan gorev sorumluluk formlarn ve personele ait diger bilgilerin de yer alacagi

personel dosyalari olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.5. a) maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.

“4.1.5 Laboratuar; a) Idari ve teknik personel diger sorumluluklarina bakmaksizin,
yonetim sisteminin uygulanmasi, siirdiiriilmesi ve iyilestirilmesi de dahil gorevlerini
yerine getirmek ve yonetim sisteminden veya deney ve/veya kalibrasyon
prosediirlerinden sapmalarin olusumunu tespit etmek ve bu tiir sapmalarin 6nlemek
veya en aza indirilmesi i¢in gerekli islemleri baslatmak iizere gerekli olan yetki ve
kaynaklara sahip olmalhidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’deki hizmetleri yerine getirebilmek icin gerekli yeterlilige sahip yonetici, idari
ve teknik personel atandigina dair bir ifade Kalite El Kitabi’nda yer almasi
gereklidir. Personelin nitelikleri ve yeterliligine iliskin detayli bilgiler personel
dosyalarinda yer almalidir. Bu durumu 6zetleyen bir ifadeye Kalite El Kitabi’'nda yer

verilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.1.5. b) maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.

“b) YoOnetiminin ve personelinin yapilan isin kalitesini olumsuz yoOnde
etkileyebilecek her tiirlii ticarf, mali ve diger i¢ ve dis baskilardan ve etkilerden uzak
tutulmasini saglayan diizenlemelere sahip olmalhdir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuar personelinin yapilan isin kalitesini olumsuz yonde etkileyebilecek her
tirli ticarl, mali ve diger i¢ ve dig baskilardan ve etkilerden uzak tutulmasini
saglayacak kurallar belirlenmeli ve bu amagla 3. seviye bir dokiiman niteliginde PGL

kurallar1 adl1 bir kurallar listesi olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.5. ¢) ve d) maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.
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“c) Miisterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli haklarin korunmasim saglayan,
sonucglarin elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini temin eden
prosediirler de dahil olmak iizere, politika ve prosediirlere sahip olmalidir.

d) Yeterlik, tarafsizlik, karar verme veya ¢alismasiyla ilgili diiriistliigiine olan giiveni
azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmay1 6nleyecek politika ve prosediirlere sahip
olmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu maddelerde belirtilen gereklilikleri karsilamak amaciyla, PGL’de
miisterilere ve yapilan testlere iliskin bilgiler ve ticari sirlarin {igiincii kisilere
kesinlikle agiklanmadigini belirten bir ifade kalite el kitabinda yer almalidir. Test
edilmek icin laboratuara getirilen cihazlarin yer alacagi bir depo alani tahsis edilmeli
depo alam elektronik karthh gegis sistemi ile diger boliimlerden ayrilmalidir.
Laboratuarda gizlilik ile ilgili kurallar PGL kurallar1 dokiimanina ilave edilmeli,
ayrica her bir personel tarafindan imzalandiktan sonra personel dosyalarina ilave

edilecek 3. seviye bir dokiiman niteliginde gizlilik s6zlesmesi olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.5. e) ve f) maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“e) Kurulusu ve yonetim yapisini, herhangi bir ana kurulus i¢indeki yerini; kalite
yonetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasindaki iliskileri tarif etmelidir.

f) Deney ve/veya kalibrasyon kalitesine dogrudan etkisi olan, yonetme, uygulama
veya dogrulama gérevini yerine getiren biitiin personelin sorumluluklarini, yetkilerini
ve birbirleri ile olan iliskilerini belirlemelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’nin alt birimleri ve personel dagilimi, yetki, gorev, sorumluluklarinin
belirlenmesi icin laboratuar organizasyon semasi, yeterlilik ve yetkilendirme matrisi
ve gorev sorumluluk formu olusturulmalidir. Organizasyon semasinda laboratuarda
kurulan alt birimler ve sorumlulari ile ilgili personel isimleri ile birlikte yer almalidir.
Yeterlilik ve yetkilendirme matrisinde her bir personelin hangi faaliyetleri
yapabilecek yeterlilikte oldugu, s6z konusu yeterliliginin hangi tarihte onaylandigi,
bir faaliyeti yapabilmek icin hangi 6zelliklere sahip olunmasi1 gerektigi ve personelin
yuriittiigii  faaliyetlerle hangi tarihte gorevlendirildigi belirtilmelidir. Bu

dokiimanlarin tiimii 3. seviye birer dokiiman olarak olusturulmaldir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.1.5. g) maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.

“g) Personel adaylar1 dahil biitiin deney ve kalibrasyon elemanlarinin, metotlar1 ve
prosediirleri ve her deney ve/veya kalibrasyonun hedefini bilen, deney veya
kalibrasyon sonuglarim1 degerlendirebilen uzmanlar tarafindan uygun sekilde
yonlendirilmelerini saglamalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’de ise yeni baslayan personele uygulanan oryantasyon egitimine iligkin esaslar
personel konusu ile ilgili diger hususlar da icerecek sekilde 2. seviye bir dokiiman
niteliginde olusturulacak personel prosediiriinde yer almalhidir. S6z konusu
prosediirde egitim, yetkilendirme, performans degerlendirmesi gibi konulara yer

verilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.5. h), i) ve j) maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“h) Laboratuar islemlerinde gerekli kaliteyi saglamak icin ihtiyagc duyulan
kaynaklarin temininden ve teknik islemlerden genel olarak sorumlu bir teknik
yonetime sahip olmalidir.

i) Diger gorev ve sorumluluklarindan bagimsiz olarak, kalite ile yonetim sisteminin
uygulanmasini ve daima takip edilmesini saglamak i¢in gerekli yetki ve sorumluluga
sahip, hangi isim altinda olursa olsun bir kalite yoneticisi atanmali; bu yonetici,
laboratuar politikas1 ve kaynaklar hakkinda kararlarin alindigi en yiiksek yonetim
kademesine dogrudan ulagabilmelidir.

j) Miimkiinse, kilit konumdaki yonetici personel i¢in yardimcilar atanmalidir.” [TS
EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler gere8ince laboratuarda lojistik, kalite ve teknik test
islemleri ile gorevlendirilmis olan gruplar kalite el kitabinda tanimlanmali, sahip
olduklar yetkiler ve yiiriittiikleri faaliyetlere kisaca deginilmelidir. Yonetim sistemi
ana hatlariyla agiklanmalidir. Grup sorumlulart ve yonetim icin belirlenen vekalet

sistemine deginilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.1.5. k) maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.
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“k) Personelin yapilan faaliyetlerin ©6nemi ve bunlarin yoOnetim sisteminin
hedeflerinin gerceklestirilmesine nasil katkida bulunacaginin bilincinde olmasi
saglanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Bu madde ile ilgili olarak kalite el kitabinda, kurumda uzun yillardir uygulanan kalite
sisteminden ve personelin bu konuda sahip oldugu tecriibeden bahseden bir ifade yer

almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.1.6 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.1.6 Ust yonetim, laboratuarda uygun iletisim proseslerinin olusturulmasim ve
yonetim sisteminin etkin isleyisi icin, etkin bir iletisimin gerceklesmesini
saglamalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’de yiiriitiilen faaliyetler ve uygulanan kalite sistemine iliskin degisikliklerin tiim
personele ne sekilde iletilecegi belirlenmelidir. Personelin 6neri ve sikayetlerinin ele
almabilmesi i¢in 2. seviye bir dokiiman niteliginde O©neri ve sikdyetlerin

degerlendirilmesi prosediirii olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.2.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.2.1 Laboratuar faaliyetlerinin kapsamina uygun bir yonetim sistemi olusturmali,
uygulamali ve siirdiiriilmelidir. Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyon sonuglariin
kalitesini giivenceye almak i¢in gereken biitiin politika, sistem, program, prosediir ve
talimatlar1 dokiiman haline getirilmelidir. Sistem dokiimantasyonu, ilgili personele
iletilmeli ve bu personel tarafindan anlasilmis, ulasilabilir ve uygulanabilir
olmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda TS EN ISO IEC 17025 standardi cercevesinde bir kalite sistemi
kurulduguna dair bir ifade kalite el kitabinda yer almalidir. S6z konusu kalite
sistemine ait tiim dokiimanlarin elektronik ortamda personelin erisimine sunulacagi

bir sunucu tahsis edilmelidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.2.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.2.2 Laboratuarin, kalite politikas1 beyan1 da dahil kaliteye iliskin yonetim sistemi
politikalar1 kalite el kitabinda (her ne sekilde adlandirilmigsa) tanimlanmig olmalidir.
Genel hedefler olusturulmali ve yOnetimin gozden gegirmesi sirasinda ele
almmalidir. Kalite politikas1 beyani, iist yonetim tarafindan yaymlanmalidir. Kalite
politikas1 en azindan asagida belirtilenleri icermelidir:

a) lyi bir mesleki ve teknik uygulama ve miisteriye hizmet verirken sagladigi deney
ve kalibrasyon hizmetinin kalitesine dair laboratuar yonetiminin taahhiidiinii,

b) Laboratuar yonetiminin, verecegi hizmetin standardi ile ilgili beyanini,

c) Kaliteye iligskin yonetim sisteminin amacini,

d) Deney ve/veya kalibrasyon calismalarinda gorev alan biitiin laboratuar
personelinin, kalite dokiimantasyonunu 6grenmeleri, politika ve prosediirleri kendi
islerinde uygulamalari sartini,

e) Laboratuar yonetiminin bu standarda uyma ve yoOnetiminin etkinligini siirekli
iyilestirme taahhiidiinii.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde gerekliliklerini karsilayacak sekilde kalite politikasi, kalite
hedefleri, vizyon ve misyon belirlenmeli ve kalite el kitabinda yer almalidir.
Olciilebilir nitelikteki kalite hedefleri genel olarak kalite el kitabinda yer almakla

birlikte yillik olarak analiz edilmeli ve degerleri belirlenmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.2.3 ve 4.2.4 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“4.2.3 Ust yonetim, yonetim sisteminin gelistirilmesi gerceklestirilmesi ve yonetim
sisteminin etkinliginin siirekli iyilestirilmesi ve etkinligi konusunda sorumlulugunu
kanitlamalidir

4.2.4 Ust yonetim, hem miisteri memnuniyetinin ve yasal sartlarin karsilanmasinin
Onemini organizasyonun tamamina bildirmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere iliskin degerlendirme ancak tiim kalite sisteminin
biitiinlesik olarak degerlendirilmesi sonucunda yapilabilecektir. S6z konusu
maddelerin kurulan kalite sistem igerisinde uygulandigini kanitlamak i¢in somut delil
olusturacak bir faaliyete gerek olamamakla birlikte bu maddelere uygun olarak
faaliyetlerin siirdiiriildiigiine dair bir beyanin kalite el kitabinda yer almasi yeterli

olacaktir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.2.5 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.2.5 Kalite el kitabi, teknik prosediirler de dahil, destekleyici prosediirleri icermeli
veya bunlara atifta bulunmalidir. Yonetim sisteminde kullanilan dokiimantasyonun
yapisint ana hatlari ile vermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda uygulanan kalite sistemine iliskin dokiimantasyon yapist belirlenmeli
kalite el kitabinda yer almalidir. Olusturulan kalite el kitabinda gerekli kisimlarda

ilgili prosediirlere ve talimatlara atifta bulunulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.2.6 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.2.6 Teknik yonetimin ve kalite yoneticisinin, bu standarda uygunlugu saglama
sorumluluklart da dahil gorevleri ve sorumluluklari, kalite el kitabinda
tanimlanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince kalite sorumlusu ve diger grup sorumlularina ait gérev

sorumluluk formlarinda yer alan ifadeler kalite el kitabinda da kisaca yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.2.7 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“42.7 Ust yonetim, yonetim sisteminde degisiklikler planlandiginda ve
uygulandiginda, yonetim sisteminin biitiinliigiinii ve islerligini saglamalidir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

Yonetim sisteminde yapilacak degisikliklerde izlenecek yonteme iliskin esaslar kalite

el kitabinda kisaca belirilmeli, ayrintilar ilgili prosediirlerde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.10 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“Laboratuar, yonetim sisteminin etkinligini kalite politikasi, kalite hedefleri, tetkik
sonuglari, verilerin, diizeltici ve Onleyici faaliyetleri, veri analizleri ve ydnetimin
gozden gecirmeleri vasitasiyla siirekli iyilestirmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025,
2005]

PGL’de yonetim sisteminin siirekli olarak iyilestirilmesi amaciyla uygunsuzluk,
diizeltici ve 6nleyici faaliyet (DOF), i¢ denetim, yonetimin gozden gecirmesi (YGG)
kayitlarinin diizenli olarak analiz edildigi ve raporlandigi hususlarini igeren bir ifade

kalite el kitabinda yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.1.1 Bir laboratuar tarafindan yapilan deneylerin ve/veya kalibrasyonlarin dogruluk
ve giivenilirligini bircok faktor belirler. Bu faktorler asagidakilerden gelen katkilar
icerir:

— Insan faktorii (Madde 5.2),

— Yerlesim ve cevre sartlar1 (Madde 5.3),

— Deney ve kalibrasyon metotlar1 ve bu metotlarin gecerli kilinmas: (Madde 5.4),

— Cihazlar (Madde 5.5),

— Olgme izlenebilirligi (Madde 5.6),

— Numune alma (Madde 5.7),

— Deney ve kalibrasyon malzemelerinin tasinmasi (Madde 5.8).

5.1.2 Faktorlerin toplam Olciim belirsizligine katki derecesi, deneyden deneye ve
kalibrasyondan kalibrasyona Onemli farkliliklar gosterir. Laboratuar; deney ve
kalibrasyon metotlarinin ve prosediirlerinin gelistirilmesinde, personelin egitilmesi
ve vasiflandirilmasinda, kullanilacak cihazlarin se¢iminde ve kalibrasyonunda bu
faktorleri dikkate almalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

TS EN ISO IEC 17025 standardinin yukarida belirtilen 5.1 maddesi takip eden
maddeler i¢in bir agiklama niteligindedir. Bu nedenle laboratuarda faaliyetlerin soz
konusu maddeye uygun olarak yiiriitiildiigiinii ifade eden bir ctimlenin kalite el

kitabinda yer almasi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.2.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.2.1 Laboratuar yonetimi, 6zel cihazlar1 ¢alistiran, deney ve/veya kalibrasyonlari
yapan, sonuclart degerlendiren ve deney raporlar1 ve kalibrasyon sertifikalarin
imzalayan biitiin personelin yeterliligini saglamalidir. Heniiz egitim gormekte olan
personel kullanildiginda, uygun bir nezaret saglanmalidir. Ozel gorevleri yiiriiten
personel, gereken uygun Ogretim, egitim, deneyim ve/veya ispat edilen beceriler
temel alinarak vasiflandirilmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda uygulanan personel yonetiminin esaslarimi anlatan 2. seviye dokiiman
niteliginde personel prosediirii olusturulmalidir. S6z konusu prosediirde egitim,
yeterlilik yOnetimi, yetkilendirme, performans degerlendirilmesi gibi hususlar ele

alinmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.2.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.2.2 Laboratuar yonetimi, laboratuar personelinin egitim ve becerilerine yonelik
hedefleri belirlemelidir. Laboratuar, personelin egitim ihtiya¢larinin belirlenmesi ve
egitimin saglanmasiyla ilgili bir politikaya ve prosediirlere sahip olmalidir. Egitim
programi, laboratuarin halen siirdiirmekte oldugu ve gelecekte beklenen islerine
uygun olmalidir. Egitim faaliyetlerinin etkinligi degerlendirilmelidir.” [TS EN ISO
IEC 17025, 2005]

Egitim ihtiyaclarinin belirlenmesi, egitim planlarimin  yapilmasi, egitimlerin
uygulanmasi ve etkinligin degerlendirilmesi ile ilgili hususlar personel prosediiriinde
egitim bashgl altinda anlatilmalidir. Egitim ihtiyaglarinin belirlenmesi icin egitim
talep formu, s6z konusu ihtiyaclardan hareketle yillik egitim planinin olusturulmasi
ve kayit altina alinmasi i¢in yillik egitim plani, plan haricinde yil icerisinde ihtiyac
duyulacak egitimler i¢in ilave egitim formu, laboratuar i¢inde mevcut ve yeni
personele laboratuar personeli tarafindan verilecek egitimlerin kayit altina alinmasi
icin i¢ egitim formu olusturulmalidir. S6z konusu dokiimanlar 3. seviye dokiiman

olarak tanimlanmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.2.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.2.3 Laboratuar, kadrolu veya sozlesmeli personeli kullanmalidir. S6zlesmeli ve
ilave teknik ve kilit destek personel kullanildiginda, bu kisilerin yeterli 6zelliklerde
olmalart ve laboratuarin yOnetim sistemine gore c¢alismalari saglanmali ve
calismalarina nezaret edilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu maddede belirtilen gerekliliklerin karsilanmasi amaciyla laboratuar
personelinin statiisii kalite el kitabinda belirtilmelidir. ilave ve destek personel

kullanilmasi durumunda izlenecek yontem personel prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.2.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.2.4 Laboratuar, deneyler ve/veya kalibrasyonlarda gorev alacak idari, teknik ve
kilit destek personelin gecerli gorev tanimimi yapmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025,
2005]

Her bir personelin gorev tanimlarn gorev ve sorumluluk formu iizerinde yapilmalidir.

S6z konusu formlar personel dosyalarinda yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.2.5 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.2.5 Yonetim, belirli tipteki numune alma islemlerini, deney ve/veya kalibrasyonu
yapmak, deney raporlarimi ve kalibrasyon sertifikalarin1 diizenlemek, goriis bildirmek
ve yorumlamak ve belirli tipteki cihazlan kullanmak icgin, ©zel personeli
yetkilendirmelidir. Laboratuarda, sozlesmeli personel de dahil biitiin teknik
personelin yetkileri, yeterlilikleri, 6grenim durumlar1 ve profesyonel vasiflari,
egitimleri, becerileri ve deneyimleri ile ilgili kayitlar tutulmaldir. Bu bilgiler
kolaylikla erisilebilir olmali ve yetkilendirme ve/veya yeterliligin teyit edildigi tarihi
icermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda, tiim personelin yetkileri, yeterlilikleri, 6grenim durumlart ve
profesyonel vasiflar, egitimleri, becerileri ve deneyimleri ile ilgili kayitlar personel
dosyalarinda tutulmalidir. Personelin yeterlilik teyit ve yetkilendirme tarihlerini
iceren yeterlilik ve yetkilendirme matrisi olusturulmalidir. S6z konusu dokiiman 3.
seviye bir dokiiman olarak tanimlanmalidir. Personel dosyalan elektronik ortamda

sunucu iizerinde yer almali, erisim yetkileri belirlenmelidir.
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7.2.2. Grup 2 analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.3.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“Laboratuar, yonetim sisteminin bir kismin1 olusturan, meseld teknik resimler,
yazilim, sartnameler, talimatlar ve el kitaplarinin yani sira yonetmelikler, standartlar,
standart hitkmiindeki diger dokiimanlar, deney ve/veya kalibrasyon metotlar1 gibi,
biitiin dokiimanlarin (kendi iginde iirettigi veya dis kaynaklardan gelen)kontrolii i¢in
prosediirler olusturmali ve siirdiirmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madenin gerekliliklerini karsilamak amaciyla 2. seviye bir dokiiman
olarak dokiiman kontrol prosediirii olusturulmalidir. Prosediirde dokiimanlarin
olusturulmasi, onaylanmasi, degistirilmesi, iptali ve muhafazasi ile ilgili esaslar

belirlenmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 4.3.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.3.2.1 Laboratuar personeli i¢in yonetim sisteminin bir pargasi olarak yayinlanan
biitiin dokiimanlar, yaymlanmadan o6nce yetkili personel tarafindan gozden
gecirilmeli ve onaylanmalidir. Y6netim sistemindeki dokiimanlarin giincel revizyon
statiisiinii ve dokiimanlarin dagitimini tanimlayan ve gecersiz ve/veya giincelligini
yitirmis dokiimanlarin ayiklanmasina imkan veren bir ana liste veya es degeri bir
dokiiman kontrol prosediirii olusturulmalidir.

4.3.2.2 Kabul edilen prosediirler:

a) Uygun dokiimanlarin onaylanmis baskilarinin, laboratuarin fonksiyonunu etkili bir
sekilde yerine getirmesinde hayati 6nemi olan islemlerin yapildig1 biitiin yerlerde
bulundurulmasi,

b) Dokiimanlarin ilgili kriterlere uygunlugunun siirekliligini saglamak amaciyla
diizenli olarak gézden gecirilmesini ve gerektiginde revize edilmesi,

c) Gecgersiz veya giincelligini yitirmis dokiimanlarin dagitildiklart  veya
kullanildiklart her noktadan en hizli sekilde toplanmasim1i veya amag¢ dist
kullanilmamalarinin giivence altina alinmasi,

d) Yasal zorunluluk veya bilgi muhafazasi amaciyla saklanmasi1 gereken giincelligini
yitirmis dokiimanlarin uygun bir sekilde isaretlenmesi sartlarini saglamalidir.

4.3.2.3 Laboratuar tarafindan iiretilen yonetim sistemi dokiimanlari, 6zgiin olarak
tanimlanmalidir. Boyle bir tanimlama, yayin tarihini ve/veya revizyon durumunu,
sayfa numarasini, toplam sayfa sayisin1 veya dokiimanin sonunu belirten bir isareti
ve yayinlayan yetkili mercileri icermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]
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Dokiimanlarin onaylanmas1 ve yayimlanmasi ile ilgili esaslar dokiiman kontrol
prosediiriinde tanimlanmalidir. Dokiimanlarin giincel revizyon durumunu gosteren i¢
kaynakli ve dis kaynakli giincel dokiiman listesi 3. seviye birer dokiiman olarak
olusturulmalidir. Dokiimanlarin tanilanmasi i¢in bir kodlama sistemi gelistirilmeli ve

konu 3. seviyede olusturulacak dokiiman kodlama talimatinda ele alinmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.3.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.3.3.1 Dokiimanlarda yapilan degisiklikler, aksi belirtilmedikce, ilk gozden
gecirme islemini yapan birim tarafindan gozden gecirilmeli ve onaylanmalidir. Bu
isle gorevlendirilen personel, gozden gecirmeye ve onaylamaya temel teskil eden
ilgili altyap bilgilerine ulasabilmelidir.

4.3.3.2 Degistirilen veya yeni yazilan metinler, miimkiinse, dokiimanin veya uygun
eklerinin iizerinde tanimlanmalidur.

4.3.3.3 Laboratuarin dokiiman kontrol sistemi, dokiimanlarda elle tadilat yapilmasina
izin veriyorsa, dokiimanlarin yeniden yayinlanmas i¢in gereken bekleme siiresi, bu
tadilatlarin yapilma prosediirleri ve konu ile ilgili yetkililer tarif edilmelidir. Tadilat
acik bir sekilde isaretlenmeli, parafe edilmeli ve tarih konulmalidir. Revize edilmis
bir dokiiman, miimkiin olan en kisa siirede resmen yayimlanmalidir.

4.3.3.4 Dokiiman degisikliklerinin bilgisayar kullanilan sistemlerde giincel olarak
nasil muhafaza edilecegini tarif eden prosediirler olusturulmalidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Dokiiman degisikliklerinin nasil yapilacag: ile ilgili esaslar dokiiman kontrol
prosediiriinde yer almalidir. Degisiklilerin personele bildirilmesi ile ilgili olarak 3.

seviye bir dokiiman niteliginde bildirim formu olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.4.1 Laboratuar, taleplerin, tekliflerin veya sozlesmelerin gézden gegirilmesi igin
prosediirler olusturmali ve bunlarin siirekliligini saglamalidir. Bir deney ve/veya
kalibrasyon sozlesmesinin yapilmasi ile ilgili olan gbzden gecirmeler icin politikalar
ve prosediirler asagidaki sartlar1 saglamalidir:

a) Uygulanacak metotlar da dahil olmak tizere sartlar anlasilir ve yeterli bir sekilde
tarif edilmis, dokiiman haline getirilmis ve anlagilmig olmalidir

b) Laboratuar, sartlar1 yerine getirebilme kabiliyetine ve bunun icin gerekli
kaynaklara sahip olmalidir,
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¢) Uygun deney ve/veya kalibrasyon metodu secilmeli ve bu metotlar miisterilerin
sartlarini saglayabilecek durumda olmalidir

Talep veya teklif ve sozlesme arasindaki herhangi bir farklilik varsa, ise
baslanmadan once giderilmelidir. Her sozlesme, hem laboratuar hem de miisteri icin
kabul edilebilir olmalidir.

4.4.2 Bu tip gozden gecgirme islemlerinin kayitlari, yapilan énemli degisiklikleri de
icerecek sekilde muhafaza edilmelidir. S6zlesme veya talebin karsilanma siiresi
boyunca, sartlar veya calismanin sonuglan ile ilgili olarak miisteri ile yapilan
goriismelerin kayitlart da muhafaza edilmelidir.

4.43 Gozden gecirme, laboratuar tarafindan taserona verilen her tiirlii isi de
kapsamalidir.

4.44 Sozlesmeden herhangi bir sapma oldugunda, bu durum miisteriye
bildirilmelidir.

4.4.5 Is basladiktan sonra sozlesmenin diizeltilmesi gerekiyorsa, sozlesme gozden
gecirme prosesi aynen tekrarlanmali ve yapilan herhangi bir tadildt, bundan
etkilenecek biitiin elemanlara bildirilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’ de yiiriitiilen test faaliyetleri dis miisteriden ¢cok piyasadan test amacli toplanan
cihazlara yoneliktir. Bu nedenle test talep teklif ve sozlesmelerin degerlendirilmesi
ile ilgili ayrintili diizenlemelere ihtiya¢ bulunmamaktadir. S6z konusu maddelerde
belirtilen gerekliliklerin karsilanmasi igin izlenecek yoOntemler ana amaci test
edilecek cihazlarin laboratuardaki akisimi belirlemek olan 2. seviye bir dokiiman

niteligindeki test talebinin karsilanmasi prosediiriinde kisaca yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.5 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.5.1 Bir laboratuar, onceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolay1 (mesela, is
yogunlugu, daha fazla uzmanhga ihtiyag duyma veya gecici kapasite diismesi) veya
siirekli olarak (mesela, daimi taseron sozlesmesi, acente ve isim hakki anlasmalari
gibi) isi tagserona veriyorsa, bu is mutlaka yeterli olan taserona verilmelidir. Yeterli
bir taseron, s6z konusu is i¢in bu standardin sartlarim saglayan taserondur.

4.5.2 Laboratuar, bu diizenleme hakkinda miisteriye yazili bilgi vermeli ve
gerektiginde miisterinin onayim Tercihen yazili olarak almalidir.

4.5.3 Laboratuar, hangi taseron firmay1 kullanacaginin miisteri veya bir yasal yetkili
tarafindan belirtildigi durumlar disinda, tageronun yaptigi islerden miisterisine karsi
sorumludur.

4.5.4 Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyonlarda kullandig biitiin taseronlar1 ve soz
konusu is i¢in tageronlarin bu standardin sartlarina uygunlugunu gosteren kayitlar
muhafaza etmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]
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PGL’ de mevcut durumda hi¢ bir test faaliyeti i¢in tagseron kullanilmamaktadir. Bu
nedenle soz konusu madde ile ilgili durumu Ozetleyen bir ciimlenin kalite el

kitabinda yer almas1 yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.13.1.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.

“4.13.1.1 Laboratuar, teknik ve kalite ile ilgili kayitlarinin belirlenmesi, toplanmasi,
siniflandirilmasi, ulasilabilirligi, dosyalanmasi, depolanmasi, siirdiiriilmesi ve elden
cikarilmasi icin prosediirler olusturmali ve siirdiirmelidir. Kalite kayitlar1, diizeltici
ve Onleyici faaliyet kayitlarinin yani sira i¢ denetim ve yonetimin gozden gecirme
raporlarini da icermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda olusturulacak kayitlarin belirlenmesi, toplanmasi, siniflandirilmasi,
ulagilabilirligi, dosyalanmasi, depolanmasi, siirdiiriilmesi ve elden cikarilmasi ile
ilgili olarak uygulanacak yontemlerin ele alindigi 2. seviye bir dokiiman olmak iizere

arsiv ve kayitlarin kontrolii prosediirii olugturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.13.1.2, 4.13.1.3 ve 4.13.1.4 maddelerinde

asagida belirtilen ifadeler yer almaktadir.

“4.13.1.2 Biitiin kayitlar okunakli olmali, zarar gérmelerini veya bozulmalarin1 ve
kaybolmalarimt Onlemek icin uygun sartlar1 saglayabilecek mekénlarda kolayca
ulagilabilecek sekilde saklanmali ve muhafaza edilmelidir. Kayitlarin muhafaza
edilme siireleri belirlenmelidir.

4.13.1.3 Biitiin kayitlar, emniyetli bir sekilde ve gizlilik icinde muhafaza edilmelidir.
4.13.1.4 Laboratuar, elektronik olarak muhafaza edilen verileri her sartta korumak ve
yetkisi olmayan kisilerin bunlara ulagsmasini1 veya degisiklik yapmasini 6nlemek igin
prosediirlere sahip olmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Kayitlarin nerede, kim tarafindan ne kadar siire i¢in saklanacag: arsiv ve kayitlarin
kontrolii prosediiriinde belirtilmelidir. Kayitlara erisim yetkileri tanimlanmali, ilgili

hususlar arsiv ve kayitlarin kontrolii prosediiriinde belirtilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.13.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“4.13.2.1 Laboratuar, orijinal gézlemleri, tetkik sirasinda izlenecek yolu olusturmak
icin tiiretilen verileri ve yeterli bilgiyi, kalibrasyon kayitlarini, personelle ilgili
kayitlar1 ve teslim edilen her deney raporunun veya kalibrasyon sertifikasinin bir
kopyasim1 belirli bir siire muhafaza etmelidir. Her deneyin veya kalibrasyonun
kayitlari, belirsizligi etkileyen faktorleri, miimkiinse, tamimlamak ve deney veya
kalibrasyonlarin miimkiin oldugunca orijinaline yakin sartlarla tekrarlanmasini
saglamak icin yeterli bilgiyi icermelidir. Bu kayitlar, numune alma isleminden,
deneyin ve/veya kalibrasyonun yapilmasindan ve sonuglarin kontrol edilmesinden
sorumlu olan personelin kimligi hakkinda bilgiyi icermelidir.

4.13.2.2 Gozlemler, veriler ve hesaplamalar, yapildiklar1 anda kaydedilmeli ve hangi
goreve ait oldugu belirlenebilir olmalidir.

4.13.2.3 Kayitlarda hatalar oldugunda, silinerek veya karalanarak okunaksiz hale
getirilmemeli, hatalarin iistii ¢izilmeli ve yanina dogrusu yazilmalidir. Yapilan bu tip
degisikliklerin tamami, diizeltmeyi yapan kisi tarafindan imzalanmali veya parafe
edilmelidir. Verilerin elektronik olarak muhafaza edilmesi durumunda, orijinal
verilerin kaybolmasini veya degistirilmesini Onlemek icin benzer Onlemler
alimmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu hususlar arsiv ve kayitlarin kontrolii prosediiriinde ele alinmalidir.
Dokiimanlar veya kayitlarda elle diizeltme yapilmasi engellenmeli tiim degisiklikler

icin yeni siiriim olusturulmasina imkan verecek kurallar tanimlanmalidir.

7.2.3. Grup 3 analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.6.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.6.1 Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyonlarin kalitesini etkileyen gerekli
hizmetlerin ve malzemelerin secilmesi ve satin alinmasi i¢in bir politikaya ve
prosediirlere sahip olmalidir. Deneyler ve kalibrasyonlarla ilgili reaktiflerin ve
laboratuar sarf malzemelerinin satin alinmasi, kabulii ve muhafazasi icin prosediirler
bulunmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuarda ihtiya¢ duyulan malzeme ve hizmetlerin se¢ilmesi ve satin alinmasi ile
ilgili esaslarin belirlenmesi amaciyla 2. seviye bir dokiiman niteliginde olmak iizere
satin alma prosediirii olugturulmalidir. Satin alma politikas1 kisaca kalite el kitabinda
yer almalidir. Test islemlerinde kullanilan sarf malzemelerinin muhafazasi ile ilgili

esaslar test prosediirlerinde yer almalidir.
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Ihtiya¢ duyulan mal ve hizmet taleplerinin olusturulacak lojistik birimine iletilmesi

amaciyla 3. seviyede mal/hizmet talep formu olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.6.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.6.2 Laboratuar, satin alinan ve deneylerin ve/veya kalibrasyonlarin kalitesini
etkileyen malzemelerin reaktiflerin ve laboratuar sarf malzemelerin, bunlar
inceleninceye veya standart sartnamelere veya soz konusu olan deney ve/veya
kalibrasyon metotlarinda aciklanan sartlara uygunluklari dogrulanincaya kadar,
kullanilmamasin1 saglamalidir. Kullanilan bu hizmetler ve malzemeler belirlenmis
olan sartlara uygun olmalidir. Uygunlugu kontrol etmek i¢in yapilan faaliyetlerin
kayitlar1 tutulmahdir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Satin alinan malzemeler hazirlanan sartnameye ilgili standart ve prosediirlere
uygunluklan teyit edilmeden kullanilmasini engellemek icin esaslar belirlenmeli ve

satin alma prosediiriinde yer almalidir.

S6z konusu uygunluk kontroliiniin yapilmasi amaciyla 3. seviyede satin alma kontrol

formu olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.6.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.6.3 Laboratuar ¢iktisinin kalitesini etkileyen maddelerin satin alma dokiimanlart,
1smarlanan hizmetleri ve malzemeleri tarif eden verileri icermelidir. Bu satin alma
dokiimanlari, kullanima alinmadan Once teknik igerikleri bakimindan gozden
gecirilmeli ve onaylanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Satin alinacak mal veya hizmete iliskin sartname gibi satin alma dokiimanlarinin,
1smarlanan hizmetleri ve malzemeleri tarif edecek sekilde hazirlanmasi i¢in esaslar

belirlenmeli ve satin alma prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.6.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“4.6.4 Laboratuar, deneylerin ve kalibrasyonun kalitesini etkileyen kritik tiiketim
maddelerinin, malzemelerin ve hizmetlerin tedarik¢ilerini  degerlendirmeli;
degerlendirmelerin ve onaylanan tedarikci listesinin kayitlarimi tutmalidir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

Tedarik¢ilerin degerlendirilmesi ile ilgili bir yontem olusturulmali ve konu satin
alma prosediirii dahilinde ele alinmalidir. Her bir tedarik¢inin degerlendirilmesinde
kullanilma amaciyla tedarik¢i degerlendirme formu ve s6z konusu degerlendirmeler
sonucunda yillik olarak olusturulacak olan onayl tedarikgi listesi olusturulmalidir.

S6z konusu dokiimanlar 3. seviye dokiiman niteliginde olmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.7 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.7.1 Diger miisterilerin gizliliginin korunmasinin saglanmasi1 kaydiyla, laboratuar
miisterilerle veya onlarin temsilcileri ile miisterinin taleplerini acikliga kavusturma
ve yapilan igle ilgili olarak laboratuarin performansini izleme konularinda is birligine
istekli olmalidir.

4.7.2 Laboratuar, miisterilerden hem olumlu hem de olumsuz olan geri besleme
bilgilerini almalidir. Bu bilgiler, yonetim sistemini, deney ve kalibrasyon
faaliyetlerini ve miisteri hizmetlerini iyilestirmek i¢in analiz edilmeli ve
kullanilmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

PGL’ de piyasa gozetimi ve denetimi faaliyetleri haricinde test islemleri halihazirda
yapilmamaktadir. Ancak herhangi bir nedenle diger firma, kurum veya kuruluslardan
gelecek test taleplerinin karsilanmasi durumunda miisteri i¢in yapilan testlere taniklik
etmek lizere miisteriye veya miisterinin temsilcisine laboratuarin izin verilen
alanlarma giris imkéni saglandigi, test islemlerinde herhangi bir gecikme veya
testlerin performansinda 6nemli sapmalar oldugunda miisteriye elektronik posta veya
telefonla bilgi verildigi PGL kurallar1 ve kalite el kitabinin ilgili maddelerinde yer
almalidir. Miisteri memnuniyetinin analiz edilmesi amaciyla miisteri memnuniyeti

anketi hazirlanmalidir. Laboratuara ait bir internet sitesi kurulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.8 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“Laboratuar, miisterilerden veya diger ilgililerden gelen sikayetlerin ¢oziimlenmesi
icin bir politikaya ve prosediire sahip olmalidir. Sikdyetlerin, incelemelerin ve
laboratuar tarafindan yapilan diizeltici faaliyetlerin tamami kaydedilmelidir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince laboratuar personeli ve miisterilerden gelecek oneri ve
sikayetlerin degerlendirilmesi ile ilgili hususlarin yer aldig1 2. seviye bir dokiiman
niteliginde olmak iizere Oneri ve sikayetlerin degerlendirilmesi prosediirii
olusturulmahdir. Oneri ve sikdyetlerin alinmasinda kullanilacak oneri ve sikdyet
formu olusturulmalidir. S6z konusu form 3. seviye bir dokiiman olarak

tanimlanmalidir. Laboratuara ait bir internet sitesi kurulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.3.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.3.1 Laboratuarin deney ve/veya kalibrasyon olanaklari, enerji kaynaklari,
aydinlatma ve c¢evre sartlar1 da dahil (bunlarla da sinirh kalmayarak), deney ve/veya
kalibrasyon hizmetinin dogru bir sekilde yapilmasini kolaylastirmalidir. Laboratuar,
cevre sartlarinin sonuglar1 gecersiz kilmamasini veya herhangi bir ol¢iim igin
gereken kaliteyi kotii yonde etkilememesini saglamalidir. Deneyler ve/veya
kalibrasyonlar laboratuarin daimi tesisleri disindaki yerlerde yapilacaksa numune
alma islemi ¢ok dikkatli yapilmalidir. Deney ve/veya kalibrasyon sonuglarini
etkileyebilecek yerlesim ve cevre sartlan ile ilgili teknik sartlar dokiiman haline
getirilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Laboratuara iliskin, enerji kaynaklari, aydinlatma, 1sitma, calisma ortami ve gevre
sartlar1 da kalite el kitabinda kisaca anlatilmalidir. Kurulu tesisler disinda herhangi

bir faaliyetin yiiriitiilmedigi ifade edilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 ve 5.3.5 maddelerinde asagida

belirtilen ifadeler yer almaktadir.

“5.3.2 Laboratuar, ilgili sartnamelerin, metotlarin ve prosediirlerin gerektirdigi
sekilde veya cevre sartlarinin sonuclarin kalitesini etkileyebilecegi yerlerde, cevre
sartlarin1 izlemeli, kontrol ve kayit etmelidir. Siirdiiriilen teknik faaliyetlere bagh
olarak, ornegin; biyolojik sterilizasyona, toza, elektromanyetik etkiye, radyasyona,
neme, elektrik beslemesine, sicakliga, ses ve titresim seviyelerine dikkat edilmelidir.
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Cevre sartlari, deneylerin ve/veya kalibrasyonlarin sonuglarmi tehlikeye soktugu
durumda deneyler ve/veya kalibrasyonlar durdurulmalidir.

5.3.3 Birbirlerine uymayan faaliyetlerin siirdiiriildiigii komsu alanlar arasinda etkin
bir ayrim olmalidir. Kargilikli kirlenmeyi 6nlemek i¢in tedbirler alinmalidir.

5.3.4 Deneylerin ve/veya kalibrasyonlarin kalitesini etkileyen alanlara giris ve bu
alanlarin kullanimi kontrol edilmelidir. Laboratuar, bu kontroliin kapsamina kendi
sartlarina baglh olarak karar vermelidir.

5.3.5 Laboratuarin diizenli ve temiz tutulmasim saglayacak onlemler alinmalidir.
Bunun i¢in 6zel prosediirler gerekli olabilir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler geregince laboratuara iliskin ¢evre sartlarinin ne sekilde
izlendigi, kayit altina alindigi, kontrol dis1 durumlarda faaliyetlerin nasil
durdurulacagi, test odalar1 ve ofislere erisim yetkilerinin ne sekilde tanimlanacag,
temizlik islemlerinin nasil yiiriitiilecegi ile ilgili hususlar1 kapsayan ¢evre sartlarinin
kontrolii prosediirii olusturulmalidir. S6z konusu prosediir 2. seviye bir dokiiman
olmalidir. Ayrica 3. seviye dokiiman olarak yerlesim semasi ve ziyaretci kayit formu
olusturulmalidir. Erisim kontroliiniin saglanabilmesi amaciyla elektronik kartli gecis
sistemi kurulmalidir. Cevre sartlarinin kayit altina alinmasini saglayacak 1s1, nem ve
basingolger cihazlar temin edilmeli ve test cihazlarina etki etmeyecek sekilde
laboratuara yerlestirilmelidir. Temizlik ve erisim kontrolii ile ilgili olarak belirlenen

kurallar PGL kurallar1 dokiimanina ilave edilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.8.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.8.1 Laboratuar, deney veya kalibrasyon numunesinin dogrulugunun ve
laboratuarin ve miisterinin c¢ikarlarinin korunmasi icin gereken biitiin onlemleri de
iceren, deney ve/veya kalibrasyon numunesinin nakli, laboratuara kabul edilmesi,
isaretlenmesi, korunmasi, muhafazasi ve/veya atilmasi i¢in prosediirlere sahip
olmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen madde ile ilgili gereklilikleri karsilamak amaciyla PGL’ de test
edilecek cihazlarin laboratuara girisinden test raporunun hazirlanip cihazlarin
laboratuardan c¢ikisina kadar olan tim islemler test talebinin karsilanmasi
prosediiriinde yer almalidir. S6z konusu prosediir 2. seviye bir dokiiman olarak

tanimlanmalidir. Test edilecek cihazlarin piyasa gozetimi ve denetimi grubu veya
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diger miisteriler tarafindan PGL’ ye getirildigi, cihazlarin naklinden PGL’nin
sorumlu olmadigr kalite el kitabinda belirtilmelidir. Cihazlarin teslim alinmasinda
kullanilmak tizere 3. seviye bir dokiiman olarak cihaz teslim tutanagi

olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.8.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.8.2 Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyon malzemelerinin isaretlenmesi icin bir
sisteme sahip olmalidir. Bu kimlik bilgisi, numune laboratuarda kaldig siire boyunca
muhafaza edilmelidir. Sistem, deney ve/veya kalibrasyon malzemelerinin fiziksel
olarak veya kayitlarinda veya diger dokiimanlarda bunlarla ilgili bilgilerin
birbirleriyle karistirilmayacak bir sekilde tasarimlanmali ve calistiritlmalidir. Sistem,
uygun oldugunda, malzeme gruplarinin alt kisimlara ayrilmasim1 ve numunelerin
laboratuarin icinde veya disinda aktarilmasini igermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025,
2005]

S6z konusu madde ile ilgili gerekliliklerin karsilanmasi icin yapilan islemler test
numunesi igaretleme talimatinda belirtilmelidir. S6z konusu dokiiman 3. seviyede
tanimlanmalidir. Test edilecek cihazlar ve ilave ekipmanlar icin numune etiketi ve

kodlama sitemi olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.8.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.8.3 Deney ve/veya kalibrasyon malzemelerinin laboratuara kabuliinden itibaren,
anormallikler, deney veya kalibrasyon metodunda tarif edilen normal veya o6zel
sartlardan olan sapmalar kaydedilmelidir. Bir malzemenin deney veya kalibrasyon
icin uygunluguna dair siiphe varsa veya malzeme verilmis olan tariflere uymuyorsa
veya gereken deney veya kalibrasyon yeterli ayrintida belirtilmemisse; laboratuar,
islemlere baglamadan Once talimat almak {izere miisteriye basvurmali ve bu
goriismeyi kaydetmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Belirtilen madde ile ilgili hususlar test talebinin karsilanmasi prosediirii ve

uygunsuzluklarin kontrolii prosediiriinde ele alinmalidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 5.8.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.8.4 Laboratuar, deney veya kalibrasyon malzemesinin muhafazasi, tasinmasi ve
hazirlanmasi sirasinda, bozulmasini, kaybolmasini veya hasar gormesini onlemek
icin prosediirlere ve uygun olanaklara sahip olmalidir. Malzeme ile birlikte verilen
ellecleme talimatlarina uyulmalidir. Malzemelerin 6zel cevre sartlarinda depolanmast
veya sartlandirilmasi zorunlu oldugunda, bu sartlar saglanmali, izlenmeli ve
kaydedilmelidir. Bir deney veya kalibrasyon malzemesi veya malzemenin bir kismi1
giivenlikli olarak saklanacaksa, laboratuar emniyete alinan malzemelerin veya
kisimlarinin  durumunu ve dogrulugunu koruyan depolama ve giivenlik igin
diizenlemelere sahip olmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida verilen maddede belirtilen gerekliliklerin karsilanmasi amaciyla kalite el
kitabinda PGL’ye test edilmek {izere getirilen cihazlarin test talebinin karsilanmasi
prosediiriine gore teslim alindigi, bozulmalarim ve zarar gormelerini engelleyecek
sekilde PGL deposunda muhafaza edildigi, laboratuar binas1 disina ¢ikarilmalarina,
personel tarafindan test islemleri haricinde baska amaclar ile kullanilmalarina izin
verilmedigi, test numunesi isaretleme talimatina gore isaretlenerek kayit altina
alindign belirtilmelidir. Laboratuar deposu uygun kosullart saglayacak hale
getirilmeli, test edilecek cihazlar, islem goren cihazlar, test islemi bitmis cihazlar igin
tic kistma ayrilmahdir. Laboratuarda cihazin kimin sorumlulugunda hangi test
asamasinda oldugunun takip edilmesi amaciyla test takip formu olusturulmal ve 3.
seviye bir dokiiman olarak tanimlanmalidir. Yapilacak testlere iligkin islem sirasinin
belirtilmesi ve test islemini yapan personel ile her isleme iliskin sonucun kayit altina

alinmas1 amaciyla test sonu¢ formu gelistirilmelidir.

7.2.4. Grup 4 analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.9.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.9.1 Laboratuar, yaptig1 deney ve/veya kalibrasyon isinin herhangi bir kism1 veya
bu isin sonuglarint kendi prosediirlerine veya miisteri ile lizerinde anlasilan sartlara
uymadigl zaman uygulayacagi bir politikaya ve prosediirlere sahip olmalidir. Bu
politika ve prosediirler asagidaki sartlar1 saglamalidir:
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a) Uygun olmayan isin yonetimi i¢in sorumluluklarin ve yetkilerin belirlenmesini ve
onlemlerin (uygun olmayan is tamimlandiginda isin durdurulmasini, gerektiginde
deney raporlarinin ve kalibrasyon belgelerinin alikonulmasini iceren) tarif edilmesini
ve alinmasini,

b) Uygun olmayan isin dneminin bir degerlendirmesinin yapilmasini,

¢) Uygun olmayan isin kabul edilebilirligi hakkindaki her tiirlii kararla birlikte derhal
diizeltmenin yapilmasini,

d) Gerektiginde, miisterinin bilgilendirilerek yapilan isin geri ¢ekilmesini,

e) Ise yeniden baslama izni ile ilgili sorumlulugun tarif edilmesini.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Yukarida maddede belirtilen sartlar1 saglayacak sekilde islemlerin yiiriitiilmesi
amactyla 2. seviye bir dokiiman olarak uygunsuzluklarin kontrolii prosediirii
hazirlanmalidir. S6z konusu uygunsuzluklarin kayit altina almabilmesi amaciyla
kullanilmak tizere uygunsuzluk kayit formu olusturulmali ve 3. seviyede bir

dokiiman olarak tanimlanmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 4.9.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.9.2 Yapilan degerlendirmede, uygun olmayan isin ileride tekrarlanabilecegi
ihtimali veya laboratuarin kendi politika ve prosediirlerine uygunlugu hakkinda
siiphe uyandirmasi durumunda, Madde 4.11°de verilen diizeltici faaliyet prosediirleri
derhal uygulanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Uygunsuzluk prosediiriinde kayitlarin diizenli olarak godzden gegirilece8inin ve
gerekli durumlarda ilgili prosediirlere gore islem yapilacag ile ilgili ifadeler yer

almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.11 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.11.1 Genel: Uygun olmayan bir is veya yOnetim sistemindeki politikalardan ve
prosediirlerden sapmalar tespit edildiginde uygulanmak {iizere, laboratuar, diizeltici
faaliyetler i¢in politika ve prosediirler olusturmali ve bu faaliyetleri yiiriitecek uygun
yetkilileri belirlemelidir.

4.11.2 Sebep analizi: Diizeltici faaliyet prosediirii, problemin temel sebeplerini
belirlemek i¢in bir inceleme ile baglamalidir.
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4.11.3 Diizeltici faaliyetlerin se¢ilmesi ve uygulanmasi: laboratuar, diizeltici faaliyet
gerektiginde, muhtemel diizeltici faaliyetleri tanimlamalidir. Problemi ¢dzmek ve
tekrarin1 6nlemek icin en muhtemel olan faaliyet se¢ilmeli ve uygulanmalidir.
Diizeltici faaliyetler, sorunun biiyiikliigiine ve yarattifi riske uygun bir seviyede
olmalidir. Laboratuar, diizeltici faaliyetlerle ilgili incelemelerden kaynaklanan
herhangi bir degisikligi dokiiman haline getirmeli ve uygulamalidir.

4.11.4 Dizeltici faaliyetlerin izlenmesi: Laboratuar, gerceklestirilen diizeltici
faaliyetlerin etkili olmasin1 saglamak i¢in sonuglari izlemelidir.

4.11.5 llave tetkikler: Tanimlanan uygunsuzluklar veya sapmalar, laboratuar
politikasina ve prosediirlerine veya bu standarda uygunlugu hususunda siipheler
yaratiyorsa, laboratuar miimkiin olan en kisa siirede, faaliyetinin ilgili alanlarinin
Madde 4.14’°e gore tetkik edilmesini saglamalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu maddeler ile ilgili hususlar 4.12 maddesi ile birlikte asagida

degerlendirilmistir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.12 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.12.1 Yonetim sistemi veya teknik bir konu ile ilgili uygunsuzluklarin muhtemel
kaynaklar1 ve gerekli olan iyilestirmeler belirlenmelidir. Iyilestirme firsatlari
belirlendiginde veya Onleyici faaliyet gerekli oldugunda, islemler icin planlar
gelistirilmeli, uygulanmali ve bu tiir uygunsuzluklarin olugma ihtimalini en aza
indirmek icin izlenmeli ve iyilestirme firsatlarinin avantajlarindan yararlanilmalidir.
4.12.2 Onleyici faaliyetler icin prosediirler, bu tip faaliyetlerin baslatiimasi ve
etkinliginin saglanmasi i¢in kontrollerin yapilmasini igermelidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler uyarinca diizeltici ve Onleyici faaliyetlerle ilgili
hususlarin birlikte ele alindigi 2. seviye bir dokiiman olmak tiizere diizeltici ve
onleyici faaliyet prosediirii olusturulmalidir. S6z konusu prosediirde faaliyetlerin
secilmesi uygulanmasi, izlenmesi, ilave tetkiklerin yapilmasi, risk ve sebep

analizlerinin yapilmasi ile ilgili esaslar belirlenmelidir.

Faaliyetlere iliskin taleplerin toplanabilmesi amaciyla DOF formu ve yapilan
faaliyetlerin kaydedilmesi amaciyla DOF izleme formu olusturulmalidir. S6z konusu

formlar 3.seviye dokiiman olarak tanimlanmalidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.14.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.14.1 Laboratuar, diizgiin araliklarla ve ©onceden belirlenmis bir program ve
prosediir uyarinca, faaliyetlerinin yonetim sisteminin ve bu standardin sartlarina
uygun olarak siirdiiriildiigiinii dogrulamak igin i¢ tetkikler yapmalidir. I¢ tetkik
programi, deney ve/veya kalibrasyon faaliyetleri de dahil kalite yonetim sisteminin
biitiin 6gelerine yonelik olmalidir. Tetkiklerin, program geregi ve ydnetimin talep
ettigi gibi planlanmasi ve organize edilmesi kalite yoneticisinin sorumlulugundadir.
Bu gibi tetkikler, kaynaklar elverdigince tetkik edilecek faaliyetle ilgisi olmayan,
egitilmis ve vasifli personel tarafindan yiiriitiilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025,
2005]

PGL’ de yiiriitilen tiim faaliyetlerin kalite sistemi ve TS EN ISO IEC 17025
standardinin sartlarina uygunlugunu, uygulamanin etkinligini ve siirekliligini
dogrulamak amaciyla belirlenmis i¢ denetim programlarina uygun olarak ic
denetimlerin yapilmasi ile ilgili hususlar1 belirmek amaciyla 2. seviye dokiiman
niteliginde olmak iizere i¢c denetim prosediirii olusturulmalidir. i¢ denetimlerin hangi
personel tarafindan organize edilecegi hangi bolimiin hangi Ozelliklere sahip
personel tarafindan denetlenecegi s6z konusu prosediirde yer almaldir. Ig
denetimlerle ilgili kayitlarin tutulmasi amaciyla 3. seviye dokiiman seviyesinde yillik

i¢ denetim plani, i¢ denetim detay plan1 ve i¢ denetim raporu olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.14.2 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.14.2 Tetkik bulgulari, faaliyetlerin etkinligi veya deney veya kalibrasyon
sonuclarinin dogrulugu ve gecerliligi konusunda bir siiphe uyandiriyorsa, laboratuar,
diizeltici faaliyetlere zamaninda baslamali ve sonuglar1 bakimindan etkilemis olan
miisterilerine yazil olarak haber vermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde ile ilgili hususlar olusturulacak i¢ denetim prosediiriinde yer

almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.14.3 ve 4.14.4 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.
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“4.14.3 Tetkik edilen faaliyet alani, tetkik bulgular1 ve bunlarin neticesinde yapilan
diizeltici faaliyetler kaydedilmelidir.

4.14.4 Takip tetkikleri ile diizeltici faaliyetlerin uygulanmasi ve etkinligi
dogrulanmal1 ve kayit altina alinmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere uygun olarak vyiiriitillecek islemler diizeltici ve

onleyici faaliyet prosediirii ve i¢c denetim prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.15.1 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“4.15.1 Laboratuar iist yonetimi, uygunluk ve etkinligin siirekliligini saglamak ve
gerekli degisiklik ve ilerlemeleri gerceklestirmek iizere, laboratuarin yoOnetim
sistemini ve deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerini diizenli araliklarla ve 6nceden
belirlenmis olan bir zaman cizelgesine ve prosediire gore gozden gecirmelidir.
Gozden gecirme sirasinda asagidaki hususlar dikkate alinmalidir:

- Politika ve prosediirlerin uygunlugu,

- Yonetici ve yonlendirici personelin raporlari,

- En son i¢ tetkik sonuglari,

- Diizeltici ve Onleyici faaliyetler,

- D1s kuruluslar tarafindan yapilan degerlendirmeler,

- Laboratuarlar arasi karsilastirma veya yeterlik deneylerinin sonuglari,

- Yapilan calismalarin hacmindeki ve tipindeki degisiklikler,

- Miisteriden gelen geri bildirim bilgileri,

- Sikéayetler,

- lyilestirme icin tavsiyeleri,

- Kalite kontrol faaliyetleri, kaynaklar ve eleman egitimi gibi diger ilgili etkenler.”
[TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince 2. seviye dokiiman niteliginde yOnetimin gbzden
gecirmesi prosediirii olusturulmalidir. Prosediirde yOnetimin gozden geg¢irmesi
toplantisinin ne sekilde kim tarafindan organize edilecegi ve hangi konularin ele
almacag anlatilmalidir. Yonetimin gozden gecirmesi toplantisinda goriisiilecek
hususlarin toplanti 6ncesinde belirlenmesi ve kayit altina alinmasi i¢in 3. seviyede

YGG toplant1 giindemi adli bir form olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 4.15.2 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“4.15.2 YoOnetimin gozden gecirmesinden elde edilen bulgular ve bunlardan
kaynaklanan faaliyetler kaydedilmelidir. Y&netim, bu faaliyetlerin uygun ve iizerinde
goriis birligine varilan bir siirede sonuglandirilmasini saglamalidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Yonetimin gozden gecirmesi toplantilarinda elde edilen bulgularin kaydedilmesi
amactyla toplanti tutanagi olusturulmalidir. Toplanti tutanagi laboratuarda yapilan
diger toplantilarla ilgili hususlar kayit altina almak amaciyla da kullanilabilir. S6z

konusu tutanak 3. seviye bir dokiiman olmalidir.

7.2.5. Grup 5 analizi

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 5.4.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“Laboratuar, deney ve/veya kalibrasyon verilerinin analizi amaciyla istatistiksel
teknikleri de kapsayan uygun metotlarin ve prosediirlerin yam sira, kapsami i¢inde
olan biitlin deney ve/veya kalibrasyonlar i¢in numune alma, tasima, nakletme,
depolama ve deneyi ve/veya kalibrasyonu yapilacak malzemelerin hazirlanmasi ve
miimkiinse 6lgme belirsizliginin hesaplanmasi i¢cin uygun metotlar1 ve prosediirleri
kullanmahdir. 1lgili cihazlarm kullanilmas: ve ¢ahstirilmasi, deney ve/veya
kalibrasyon malzemelerinin taginmasi ve hazirlanmast hususlarinda talimatlarin
olmamas1 halinde, deney ve/veya kalibrasyonlarin sonuclarini tehlikeye diismesi
ihtimali varsa, laboratuar bu talimatlara sahip olmalidir. Laboratuarin ¢alismalariyla
ilgili biitiin talimatlar, standartlar, el kitaplar1 ve referans veriler giincel olarak
tutulmal1 ve bunlar personel tarafindan kolaylikla erisilebilir olmalidir (Madde 4.3).
Deney ve kalibrasyon metotlarindan sapmalara ancak, bunlar dokiiman haline
getirildiginde, teknik olarak hakli bulundugunda, yetkilendirme yapildiginda ve
miisteri tarafindan kabul edildiginde izin verilebilir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde ile ilgili gereklilklerin karsilanmasi icin kalite el kitabinda,
laboratuarda yiiriitiillen test faaliyetlerinin olusturulmus test prosediirleri ve
talimatlarina gore yapildig1 ifade edilmelidir. Test edilecek cihazlarin laboratuara
girig, kayit, birimler arasi tasima ve laboratuardan ¢ikis islemleri 2. seviye bir
dokiiman olarak hazirlanacak test talebinin karsilanmasi prosediiriinde agiklanmalidir.
Olciim belirsizligi hesaplamalari ile ilgili hususlar 6l¢iim belirsizligi prosediiriinde ve
test prosediirlerinin ilgili kistmlarinda yer almalidir. Olgiim belirsizligi prosediirii 2.

seviye, test prosediirleri 3. seviye dokiiman olarak tanimlanmalidir. Laboratuarda
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kullanilan referans cihazlarin bakimi ve ara kontrolleri ile ilgili hususlar metroloji
prosediirii ve kalite izleme prosediirii adli 2. seviye dokiimanlarda yer almalidir. Test
metotlarina iligkin standartlar temin edilmeli ve sunucuda tiim personelin erisimine
sunulmalidir. Laboratuarda kullanilan tiim dokiimantasyonun yonetimi, muhafazasi
ve imhasina iliskin esaslarin dokiiman kontrol prosediirii ve arsiv ve kayitlarin
kontrolii prosediiriinde yer aldigi belirtilmelidir. Kullanilan test metotlarindan
sapmalara izin verilmedigi sadece dokiimante edilmis olan test prosediirleri,
talimatlar ve personelin erisimine sunulmus standartlara uygun olarak test yapildigi

kalite el kitabinda belirtilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.4.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.4.2 Metotlarin secilmesi: Laboratuar, miisterilerinin ihtiyaclarini karsilayabilen ve
uygulanacak deney ve/veya kalibrasyon metotlarina uygun, numune alma metodunu
da iceren deney ve/veya kalibrasyon metotlarim1 kullanmalidir. Tercihen, uluslararas,
bolgesel veya ulusal standartlarda yer alan metotlar kullanilmalidir. Laboratuar,
miisteri tarafindan Onerilmesi veya metodun uygun olmamasi disinda standartlarin en
son ve gecerli baskisinin kullanilmasimi saglamalidir. Tutarli bir uygulamayi
saglamak iizere, gerekli oldugunda ayrintilarla standart tamamlanmalidir.

Miisteri, kullanilacak metodu belirtmemis ise laboratuar uluslararasi, bolgesel veya
ulusal standartlarda veya giivenilir bir teknik kurulus tarafindan veya ilgili bilimsel
yaymlarda veya dergilerde yayinlanmis olan veya cihazi imal eden firma tarafindan
belirtilmis olan uygun metotlar1 segcmelidir. Laboratuarda gelistirilmis metotlar veya
laboratuara uyarlanan metotlar, kullanim i¢in uygunlarsa ve gecgerli kilinmislarsa
kullanilabilirler. Miisteri, secilen metottan haberdar edilmelidir. Laboratuar, secilmis
olan metodu deneylere ve kalibrasyonlara uygulamadan oOnce, standart metotlart
uygulayabildigini teyit etmelidir. Standard metot degisirse teyit islemi
tekrarlanmalidir. Laboratuar, miisteri tarafindan Onerilen metodun uygun olmadigi
veya ylriirlikten kaldirilmis oldugu durumlarda miisteriyi bilgilendirmelidir.” [TS
EN ISO IEC 17025, 2005]

Soz konusu madde ile ilgili olarak kalite el kitabinda PGL’ de yiiriitillen test
faaliyetlerinin belirli standartlar cercevesinde yapilmakta olup standartlarin en son
stirimlerine gore test yapildigi, her ne suretle olursa olsun metotlarda degisiklik
yapilmadigi, s6z konusu test kapsami ve metotlar haricinde test iglemi igceren taleplerin
kabul edilmedigi, test raporlarinda uygulanan metotlarin referans aldig1 standartlara

atif yapildig belirtilmelidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.4.3 ve 5.4.4 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“5.4.3 Laboratuarda gelistirilen metotlar: laboratuar tarafindan gelistirilmis olan
deney ve kalibrasyon metotlarinin uygulanmasi planl bir faaliyet olmalidir ve bu
amacla yeterli kaynaklarla donatilmis vasifli elemanlar gérevlendirilmelidir. Planlar
gelistirme siirdiikce giincellestirilmeli ve bu faaliyetin icinde gorev alan biitiin
personel arasinda etkin bir iletisim saglanmalidir.

5.4.4 Standard olmayan metotlar: Standard metotlar arasinda yer almayan metotlarin
kullanilmasi1 gerektiginde, bu metotlar miisteri ile yapilacak anlagmaya bagli olmali
ve deney ve/veya kalibrasyon sartlarinin amacim1 ve miisteri sartlarinin agik bir
tanimim icermelidir. Gelistirilen metot, uygulanmadan 6nce uygun sekilde gecerli
kilinmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere istinaden PGL’ de sadece standart test metotlarinin
kullanildigini, standart metotlar disinda bir metotla veya laboratuarda gelistirilmis
herhangi bir metotla test islemi yapilmadigini, s6z konusu metotlar iceren taleplerin

reddedildigini ifade eden bir ctimlenin kalite el kitabinda yer almasi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.4.5 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.4.5.1 Gegerli kilma, 6zel amagh bir kullanim icin gerekli sartlarin yerine
getirildiginin inceleme sonucunda teyit edilmesi ve objektif bir delilin elde
edilmesidir.

5.4.5.2 Laboratuar, standart olmayan metotlarin, laboratuarda tasarimlanmis
/gelistirilmis metotlarin amaglanan kapsamlart disinda kullanilan standart metotlarin
ve ilavelerle takviye edilmis veya degistirilmis standart metotlarin, amaglanan
kullanima uygun olduklarim teyit etmek icin gegerli kilinmalidir. Gegerli kilma,
yapilacak uygulama veya uygulama alaninin ihtiyaclarin1 da karsilayacak kapsamda
olmalidir. Laboratuar, elde edilen sonuclari ve gecerli kilma icin kullanilan
prosediirii ve metodun amaclanan kullanima uygun olup olmadigim belirten bir
ifadeyi kaydetmelidir.

5.4.5.3 Gegerli kilinmis metotlardan elde edilebilen degerlerin araligi ve dogrulugu
(meseld, sonuclarin belirsizligi, tespit siniri, metodun seciciligi, dogrusallik,
tekrarlanabilirlik ve/veya uyarlik sinir1, dis faktorlere ve/veya numune/deney parcasi
matrisinden gelen girisimlere olan duyarliliga karsi dayaniklilik) kullanim amacina
gore degerlendirilmeli ve bunlar miisterinin ihtiya¢larina uygun olmahdir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen madde kapsaminda PGL’ de yiiriitiilen faaliyet bulunmamaktadir.
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Bu nedenle kalite el kitabinda standart olmayan metot kullanimi s6z konusu
olmadigindan hali hazirda metot gecerli kilma isleminin yapilmadiginin ifade

edilmesi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.4.6 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.4.6.1 Bir kalibrasyon laboratuar1 veya kalibrasyonlarin1 kendisi yapan bir deney
laboratuari, biitiin kalibrasyonlardaki ve biitiin kalibrasyon tiplerindeki O6l¢cme
belirsizliginin tayini i¢in bir prosediire sahip olmali ve bu prosediirii uygulamalidir.
5.4.6.2 Deney laboratuarlari, 6lgme belirsizligini tayin etmek icin prosediirlere sahip
olmal1 ve bu prosediirleri uygulamalidir. Baz1 durumlarda deney metodunun dogasi,
Olcme belirsizliginin dikkatli, metrolojik ve istatistiksel bakimlardan gecerli tayininin
yapilmasini olanaksiz kilar. Boyle durumlarda laboratuar, en azindan belirsizligin
biitiin bilesenlerini tamimlamaya calismali, miimkiin olan en iyi tahmini yapmal ve
yazilan raporun belirsizlik hakkinda yanlis fikir vermemesini saglamalidir. Makul bir
tahmin, metodun uygulanmasi hakkindaki bilgiye, 6lgmenin kapsamina dayanmali ve
meseld, dnceki deneyimleri ve gecerli kilma verilerini dikkate almalidir.

5.4.6.3 Olgiim belirsizligi hesaplanirken verilen sartlarda, ©nemi olan biitiin
belirsizlik bilesenleri, kabul edilmis olan analiz metotlar1 kullanilarak dikkate
alinmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu maddelerde belirtilen gerekliklerin karsilanmasi amaciyla 2. seviye bir
dokiiman olarak 6l¢iim belirsizligi prosediirii olugturulmalidir. Her bir test i¢in 6zel

olan durumlar olusturulacak test prosediirlerinin ilgili maddelerinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.4.7 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.4.7.1 Hesaplama ve verilerin aktarimi, sistematik olarak uygun kontrollere tabi
tutulmalidir.

5.4.7.2 Deney veya kalibrasyon verilerinin elde edilmesi, isleme tabi tutulmasi,
kaydedilmesi, rapor haline getirilmesi, muhafaza edilmesi veya iptal edilmesi igin
bilgisayarlar veya otomatik cihazlar kullanildiginda laboratuar asagidaki hususlari
saglamalidir:

a) Kullanici tarafindan gelistirilen bilgisayar yazilimi, kullanim i¢in uygun olacak
sekilde yeterli ayrintida dokiimante edilmelidir,

b) Verilerin biitiinliglinii korumak i¢in prosediirler hazirlanmali ve uygulanmalidir.
Bu prosediirler, sadece bunlarla simirli kalmamak kaydiyla, verilerin giris veya
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toplama dogrulugunu ve gizliligini, veri depolamay1, veri aktarimini ve verilerin
islenmesini icermelidir,

c) Bilgisayarlar ve otomatik cihazlar, fonksiyonlarim diizgiin olarak yerine getirecek
sekilde bakima alinmali ve deney ve kalibrasyonlarin dogrulugunu korumak igin
gereken cevre ve isletme sartlar1 saglanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler uyarinca test verilerinin elde edilmesi, isleme tabi
tutulmasi, kaydedilmesi, rapor haline getirilmesi, muhafaza edilmesi veya iptal
edilmesi i¢in test sistemlerinin kendine has yazilimlariin kullanildigi, bu yazilimlar
diginda olgiim belirsizliginin hesaplanmasi icin yeterince gegerli kilinmis oldugu
varsayllan basit “MS Excel” uygulamalari kullamildigi kalite el kitabinda
belirtilmelidir. Hesaplamalarin kontrolii ile ilgili hususlar kalite izleme prosediiriinde
tanimlanmalidir. Kullamilan test yazilimlarmmin yetkisiz kisilerce kullanimini
engellemek icin bilgisayarlarda sifre uygulamasi yapilmalidir. S6z konusu
uygulamanin hayata gecirilmesi i¢in yazilimlarda gerekli diizenlemelerin yapilmasi
gereklidir. Bilgisayarlar ve test sistemlerinin bakim ile ilgili hususlar 2. seviye bir

dokiiman olan metroloji prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.5.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.5.1 Laboratuar, deneylerin ve/veya kalibrasyonlarin dogru bir sekilde yapilmasi
icin gereken biitiin numune alma imkanlar, 6l¢iim ve deney cihazlar ile (numune
alimmasin1 ve deney ve/veya kalibrasyon malzemelerinin hazirlanmasin1 ve veri
isleme ve analizlerinin yapilmasin1 da icerecek sekilde) donatilmalidir. Laboratuar,
daimi kontrolii disindaki cihazlari kullanma ihtiyaci duydugunda, s6z konusu
cihazlarin bu standardin sartlarin1 kargilamasimi saglamalidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

S6z konusu madde gerekliliklerini saglamak icin laboratuarda kullanilan cihazlarin
gerekli yeterlilikte ve standardin sartlarina uygun 6zelliklere sahip oldugunu kalite el

kitabinda belirtmek yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.5.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.5.2 Deney, kalibrasyon ve numune alma icin kullanilan cihazlar ve bunlarin
yazilimlari, istenilen dogrulugun elde edilmesi i¢in gerekli yeterlige sahip olmali ve
s6z konusu olan deneyler ve/veya kalibrasyonlarla ilgili sartnamelere uygun
olmalidir. Sonuglar iizerinde ©nemli etkileri olan cihazlar i¢in kalibrasyon
programlari hazirlanmahdir. Cihazlar (numune alma icin kullanilanlar da dahil)
hizmete alinmadan Once, laboratuar sartnamesinin sartlarin1 yerine getirmesi ve ilgili
standart sartnamelere uygun olmasi igin kalibrasyonu yapilmali veya kontrol
edilmelidir. Cihazlar, kullamim O©ncesinde kontrol ve gerekiyorsa kalibrasyonu
yapilmalidir (Madde 5.6).” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen madde geregince laboratuarda kullamilan cihazlar igin yillik
kalibrasyon ve bakim planlarinin ne seklilde kim tarafindan yapildiginin anlatildigi
metroloji prosediirii olusturulmalidir. S6z konusu prosediir 2. seviye bir dokiiman
olarak tanimlanmalidir. Cihazlara iliskin ilk ve ara kontrollerle ilgili hususlar

metroloji prosediirii ve kalite izleme prosediiriinde belrtilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.5.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.5.3 Cihazlar, yetkili personel tarafindan kullanilmalidir. Cihazlarin kullanimi ve
bakimu ile ilgili giincellestirilmis talimatlar (cihaz imalat¢ilar1 tarafindan saglanan el
kitaplar1 da dahil) ilgili laboratuar personeli tarafindan her an kullanilabilecek sekilde
hazir bulundurulmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde ile ilgili olarak kalite el kitabinda cihazlarin yetkilendirilmis
personel tarafindan kullanildig: ifade edilmelidir. Cihazlarin kullanimi ve bakimu ile
ilgili giincellestirilmis talimatlar cihaz dosyalarinda ve elektronik ortamda sunucuda

yer almali, personelin erisimine sunulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.5.4 ve 5.5.5 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“5.5.4 Miimkiin oldugunda, deney ve kalibrasyonda kullanilan ve sonucu etkileyen,
cihazin biitiin kisimlar1 ve yazilimina belirleyici kimlik verilmelidir.

5.5.5 Cihazin yapilan deneyler ve/veya kalibrasyonlarda sonug i¢cin 6nemli olan her
bir kism1 ve yazilimi i¢in tutulan kayitlar muhafaza edilmelidir. Bu kayitlar en az
asagidaki bilgileri igcermelidir:

a) Cihazin ve yazilimimin kimligi,
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b) Imalatcinin adi, tip tanimui ve seri numarast veya diger ayirt edici 6zgiin
tanimlama,

¢) Cihazin sartnameye uygunlugunu gosteren kontroller (Madde 5.5.2),

d) Bulundugu yer,

e) Varsa, imalat¢inin talimatlar1 veya bunlarin nerede bulunabilecegini gosteren atif,
f) Yapilan biitiin kalibrasyonlarin, ayarlamalarmn tarihleri, sonuglari, raporlarin ve
sertifikalarin kopyalari, kabul kriterleri ve bir sonraki kalibrasyonun tarihi,

g) Bakim plam ve yapilmis olan bakimlar,

h) Cihazin hasar, ariza, tadilat veya tamir durumu.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere iligkin gereklikleri karsilamak i¢in cihazlarin
tanimlanmas1 amaciyla her bir cihaz icin PGL kodu adi verilen tanmimlayici kimlik
tasarlanmali ilgili hususlar metroloji prosediiriinde yer almalidir. Her bir cihaz igin
cihaz adi, tipi, markasi, PGL kodu, seri numarasi, sertifika numarasi, kalibrasyon
tarihi, gelecek kalibrasyon tarihi, bulundugu yer, planlanmis ve yapilmis olan bakim
ve kalibrasyon tarihleri, kalibrasyon setifikalari ve mevcut durumu (arizali,
kullanima hazir gibi) ve cihazin sartnameye uygunlugunu gosteren kontrollere iliskin

bilgileri igeren cihaz dosyalari olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinmin 5.5.6 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.5.6 Laboratuar, 6lgme cihazlarinin uygun bir sekilde calismasini saglamak ve
kirlenmesini veya kalitesinin bozulmasin1 Onlemek amaciyla giivenli muamelesi,
nakli, muhafazasi, kullanim1 ve planl bakimi i¢in prosediirlere sahip olmalidir.” [TS
EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince ilgili hususlar metroloji prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.5.7 ve 5.5.8 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“5.5.7 Hatali kullamima veya asir1 yiikklemeye maruz kalan, siipheli sonuglar veren
veya hatali veya belirlenen sinirlarin disinda oldugu anlagilan cihazlar hizmet dist
birakilmalidir. Bu durumdaki bir cihaz, belirgin bir etiket veya isaret konularak,
onarilip dogru olarak calistig1 kalibrasyon veya deney yoluyla tespit edilinceye kadar
diger cihazlardan ayn tutulmalidir. Laboratuar, bu hatanin veya sapmanin daha 6nce
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yapilmig deneylere ve/veya kalibrasyonlara olan etkisini arastirmali ve “Uygun
olmayan igin kontrolii” prosediiriinii uygulamaya baslamalidir (Madde 4.9).

5.5.8 Miimkiinse, laboratuarin kontrolii altinda bulunan ve kalibrasyon gerektiren
biitiin cihazlar, kalibrasyon durumunu, en son kalibrasyon tarihini ve tekrar
kalibrasyonu gerektiren kriterleri veya tarihi de icerecek sekilde isaretlenmeli,
kodlanmal1 veya bagka bir sekilde tanimlanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler geregince kalibrasyon siiresi ge¢mis, arizali siipheli
ve/veya hatali sonuclar veren referans cihazlarin kullanilmasim1 6nlemek i¢in, ilgili
cihaz lizerine yapistirilacak test ve dl¢iimde kullanilmaz etiketi olusturulmali ve 3.
seviye bir dokiiman olarak tanimlanmalidir. Etiketin ne zaman ne sekilde
kullanilacagi metroloji prosediiriinde anlatilmali gerekli durumlarda uygunsuzluklarin

kontrolii prosediiriine gore islem yapilacagi hususu belirtilmelidir.

Tiim cihazlar i¢in cihaz adi, tipi, markasi, PGL kodu, seri numarasi, sertifika
numarasi, kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu yapan kurulusun cihazi kalibre ettigine dair
bilgileri iceren etiket asli, gelecek kalibrasyon tarihi, yapilmis olan bakim ve
kalibrasyon tarihleri, bulunan 3. seviye dokiiman niteliginde tanimlama etiketi

olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.5.9, 5.5.10 ve 5.5.11 maddelerinde asagida

belirtilen ifadeler yer almaktadir.

“5.5.9 Laboratuar, kendisine ait bir cihazin hangi nedenle olursa olsun, bir siire i¢in
dogrudan kontrolii digina ¢ikmasi halinde, cihazi tekrar hizmete almadan Once
fonksiyon ve kalibrasyon statiisiiniin kontrol edilmesini ve yeterli oldugunun
gosterilmesini saglamalidir.

5.5.10 Cihazlarin kalibrasyon statiisiiniin giivenilirligini siirdiirmek amaciyla ara
kontroller gerektiginde, bu kontroller tanimlanmis olan bir prosediire gore
yapilmalidir.

5.5.11 Laboratuar, kalibrasyon icin bir dizi diizeltme faktoriinii kullanmasi
gerektiginde, kopyalarin (meseld, bilgisayar yaziliminin kopyasit gibi) dogru
giincellestirilmesini saglamak icin prosediirlere sahip olmalidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere iliskin gereklilikleri yerine getirmek amaciyla

izlenecek yontem metroloji prosediiriinde yer almalidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.12 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.5.12 Deney ve kalibrasyon cihazlari, donanim ve yazilim da dahil, deney ve/veya
kalibrasyon sonuglarimi gecersiz kilacak ayarlamalara kars1 korunmalidir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde geregince cihazlarin ayar kisimlarn etiket ile kapatilmalidir.
Etiketin yirtilmasi veya zarar gormesi durumunda cihaz kontrol edilmelidir. ilgili

hususlar metroloji prosediiriinde yer almalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.6.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.6.1 Genel: Deney, kalibrasyon veya numune alma sonuglarinin dogrulugu veya
gecerliligi tizerinde onemli bir etkisi olan diger ol¢timler i¢in kullanilan cihazlar da
dahil olmak iizere, deneyler ve/veya kalibrasyonlarda kullanilan biitiin cihazlarin,
kullanima alinmadan o©nce kalibrasyonu yapilmalidir. Laboratuar, cihazlarinin
kalibrasyonu i¢in olusturulmus bir program ve prosediire sahip olmalidir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde ile ilgili olarak PGL’ de sonuglarinin dogrulugu ve gecerliligi
tizerinde etkisi olan biitiin referans cihazlar hizmete alinmadan 6nce kalibre edildigi,
kullanilan techizat ve malzemelerin se¢imi, kullanimi, kalibre ettirilmesi, kontrolii ve
bakimu ile ilgili hususlarin satin alma prosediirii ve metroloji prosediirii cercevesinde
yapildig kalite el kitabinda belirtilmelidir. PGL’ de yiiriitiilen tiim test faaliyetlerinin
uluslararas: standartlar ¢ercevesinde gerceklestirildigi kalite el kitabinda belirtilmeli
s6z konusu standartlar temin edilmeli ve sunucuda tiim personelin erisimine
acilmalidir. Kullanilan tiim cihazlar bir primer laboratuarda veya TS EN ISO IEC
17025 standardina gore akredite olmus bir laboratuarda kalibre ettirilmelidir. Bu
amagla istenilen 6zellikte bir laboratuar ile bir protokol imzalanmalidir. Kalibrasyon

sertifikalar cihaz dosyalarinda saklanmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.6.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.6.2 Ozel sartlar: 5.6.2.1: Kalibrasyon 5.6.2.1.1: Kalibrasyon laboratuarlarindaki
cihazlarin kalibrasyonu i¢in laboratuar tarafindan yapilan kalibrasyon ve ol¢iimlerin
uluslararast birimler sistemine (SI) gore izlenebilir olmasin1 saglayacak sekilde, bir
program tasarimlanmali ve calistirlmalidir. Bir kalibrasyon laboratuar1 kullandigi
O0lcme standartlarinin ve Olgme aletlerinin uluslararast Ol¢ii  sistemine gore
izlenebilirligini, ilgili SI birimlerinin birincil (primer) standartlar ile baglantili olan
kesintisiz bir kalibrasyon veya karsilastirma zinciri vasitasiyla saglamalidir. SI
birimleriyle baglanti, ulusal 6lgme standartlarina atifta bulunularak saglanabilir.
Ulusal o6lcme standartlari, SI birimlerinin gercek Ornekleri veya temel fizik
sabitlerine dayanan SI birimlerinin iizerinde anlasilmis benzerleri veya diger bir
ulusal metroloji kurulusu tarafindan kalibrasyonu yapilmis olan ikincil (sekonder)
standartlar olabilir. Kurulus disindan kalibrasyon hizmeti alindiginda, yeterliligini,
O0lcme yetenegini ve izlenebilirligini kanitlamis olan laboratuarlarin kalibrasyon
hizmetleri kullamilarak, ol¢melerin izlenebilirligi giivence altina alinmalidir. Bu
laboratuarlar tarafindan verilen kalibrasyon sertifikalari, 6l¢gme sonuclar ile birlikte
O0lcme belirsizligini ve/veya belirlenmis bir metrolojik sartname ile uygunlugun
beyanini igermelidir (Madde 5.10.4.2).

5.6.2.1.2 SI birimlerine tam olarak uymayan bazi kalibrasyonlar vardir. Bu gibi
durumlarda kalibrasyon, asagida belirtilenler gibi uygun ol¢ii standartlarina gore
izlenebilirligi olusturarak 6l¢melerin giivenilirligini saglar:

— Malzemenin fiziksel ve kimyasal ozelliklerini giivenilir olarak vermek igin
sertifikali referans malzemelerin kullanilmasi,

— Acikca tanimlanmig ve ilgili biitiin taraflarca mutabik kalinmis 6zel metotlar
ve/veya standartlarin kullanilmasi. Miimkiin oldugunda, uygun bir laboratuarlar arasi
karsilastirma programina katilmak gereklidir.

5.6.2.2 Deney

5.6.2.2.1 Deney laboratuarlarinda, ilgili kalibrasyon belirsizliginin deney
sonuclarinin toplam belirsizligine olan katkisinin az olmasi sartiyla Madde 5.6.2.1°de
verilen sartlar, 6lgme iglemine ve kullanilan 6lgme fonksiyonlarina sahip deney
cihazlarina uygulanir. Boyle bir durum oldugunda, laboratuar kullanilan cihazlarin
gereken O0l¢me dogrulugunu saglayabilecegini garanti etmelidir.

5.6.2.2.2 Olgmenin SI birimlerine gore izlenebilirliginin miimkiin olmadig1 ve/veya
ilgili olmadig1 yerlerde, izlenebilirlik i¢in meseld sertifikali referans malzemeler,
tizerinde anlagmaya varilmis metotlar ve/veya standartlar gibi kalibrasyon
laboratuarlar icin talep edilen sartlar aynen gereklidir (Madde 5.6.2.1.2).” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeler hem kalibrasyon ve deney laboratuarlar icgin farkli
gereklilikler icermektedir. PGL test laboratuar1 kapsaminda oldugu i¢in sadece
5.6.2.2 ve alt maddeleri dikkate alinmalidir. S6z konusu maddelerle ilgili olarak
kalite el kitabinda yapilan tiim Olgiimlerin SI birim sistemine uygunlugu ve
kullanilan tiim cihazlarin primer bir laboratuar veya akredite olmus bir kalibrasyon
laboratuarinda kalibre ettirildigi belirtilmelidir. S6z konusu kalibrasyonlara iliskin

belge ve sertifikalar cihaz dosyalarinda muhafaza edilmelidir.
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TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.6.3.1 ve 5.6.3.2 maddelerinde asagida

belirtilen ifadeler yer almaktadir.

“5.6.3.1 Referans standartlar: Laboratuar, referans standartlarin kalibrasyonu i¢in bir
program ve prosediire sahip olmalidir. Referans standartlarin, Madde 5.6.2.1°de
aciklandigr gibi izlenebilirligi saglayabilen bir kurulus tarafindan kalibrasyonu
yapilmalidir. Laboratuarda bulundurulan bu gibi referans ol¢iim standartlar1, sadece
kalibrasyon i¢in kullanilmali ve baska bir amagla kullanilmamalidir. Ancak, referans
standartlarin performans gecerliligini kaybetmedigi gosterilebildigi takdirde bu
kuralin disinda tutulabilir. Referans standartlarin herhangi bir ayardan once ve sonra
kalibrasyonu yapilmalidir.

5.6.3.2 Referans malzemeler: Referans malzemeler, miimkiin oldugu yerlerde, SI
Olctim birimlerine veya sertifikali referans malzemelere izlenebilir olmalidir. Teknik
ve ekonomik bakimdan uygulanabilir oldugunda, laboratuar icindeki referans
malzemeler kontrol edilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelerde gecen referans standart ifadesi olciimlerde referans
alinan agirlik, kiitle, metre gibi birimlerde tanimlanmis fiziki varliklar ifade etmekte
olup, TS EN ISO IEC 17025 veya ISO 9001 gibi standartlarla karigtirrlmamalidir. Bu
maddelerde belirtilen gereklilikleri karsilamak amaciyla PGL’ de yapilan iglemlerin

kalite el kitabinda anlatilmasi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.6.3.3 maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.

“5.6.3.3 Ara kontroller: Referans, birincil, aktarma (transfer) veya calisma
standartlar1 ve referans malzemelerin kalibrasyon durumunun giivenilirligini
siirdiirmek i¢in gereken kontroller, tarif edilmis olan prosediirlere ve programlara
gore yapilmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Bu madde ile ilgili olarak ara kontrol islemlerinin ne sekilde yapilacagi metroloji
prosediirii ve kalite izleme prosediiriinde anlatilmali, durumu agiklayan bir ifadeye

kalite el kitabinda yer verilmelidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.6.3.4 maddesinde asagida belirtilen ifadeler

yer almaktadir.
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“5.6.3.4 Nakil ve depolama: Laboratuar, kirlenme ve niteligini kaybetmesini
onlemek ve dogruluklarmi korumak amaciyla referans standartlarin ve referans
malzemelerin  nakledilmeleri, taginmalari, depolanmalar1 ve kullanilmalar
islemlerinin emniyetle yapilmasi i¢in prosediirlere sahip olmalidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

Yukarida belirtilen madde ile ilgili olarak nakil ve depolama islemleri metroloji

prosediiriinde tanimlanmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.7 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.7.1 Laboratuar, yapacagt deney veya kalibrasyon i¢in maddelerden,
malzemelerden veya iirlinlerden numune aliyorsa, numune alma ile ilgili bir plana ve
prosediirlere sahip olmalidir. Numune alma plani ve numune alma prosediiri,
numune almanm  gerceklestirildigi  yerde, kolayca ulagilabilir durumda
bulundurulmalidir. Numune alma planlari, deney metodunda yer almasi veya gerekli
goriilmesi halinde uygun istatistiksel metotlara dayandirilmalidir. Numune alma
islemi, deney ve/veya kalibrasyonlarin gecerliligini saglamak icin kontrol edilecek
etkenleri ele almalidir.

5.7.2 Miisteri, dokiimante edilmis olan numune alma prosediiriinden sapmayzi,
ekleme veya ¢ikarma yapmayi talep ettiginde, bunlar uygun numune alma verisi ile
birlikte ayrintili olarak kaydedilmeli ve deney ve/veya kalibrasyon sonuglarmin yer
aldig1 biitiin dokiimanlara dahil edilmeli ve ilgili personele iletilmelidir.

5.7.3 Laboratuar, yapilan deneyin veya kalibrasyonun bir kismini olusturan numune
alma ile ilgili verileri ve islemleri kaydetmek i¢in prosediirlere sahip olmalidir. Bu
kayitlar, kullanilan numune alma prosediiriinii, numune alan kisinin kimligini, ¢evre
sartlarim1  (deney kalitesi ile ilgili ise) ve gerektiginde numune alinan yerin
tanimlanmas1 icin semalarn veya es deger araglari ve miimkiinse, numune alma
prosediirlerinin dayandigi istatistikleri icermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelerle ilgili olarak kalite el kitabinda PGL’ de yapilan testler
icin numune alma isleminin s6z konusu olmadigi laboratuara getirilen kapsama
uygun ve saglam olan tiim cihazlarin kayit altina alimip test edildigine dair bir

ifadenin yer almasi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.9.1 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.9.1 Laboratuarin, istlenilen deneylerin ve kalibrasyonlarin gegerliliginin
izlenmesi icin kalite kontrolil prosediirleri olmalidir. Sonug olarak elde edilen veriler
egilimlerin tespit edilmesine imkan verecek sekilde kaydedilmeli ve uygulanabilir
oldugunda, sonuglarin gbozden gegirilmesine istatistiksel teknikler uygulanmalidir. Bu
izleme, planlanmali ve godzden gecirilmelidir; bunlarla sinirli olmamakla birlikte
izleme, agsagida belirtilenleri icerebilir:

a) Diizenli olarak sertifikali referans malzemelerin kullanilmasi ve/veya ikincil
referans malzemeleri kullanilarak i¢ kalite kontroliin yapilmasi,

b) Laboratuarlar arasi karsilastirma veya yeterlik deney programlarina istirak
edilmesi,

c¢) Aym veya farkli metotlar1 kullanarak deneylerin ve kalibrasyonlarin tekrar
yapilmast,

d) Muhafaza edilen malzemenin yeniden deneye veya yeniden kalibrasyona tabi
tutulmasi,

e) Bir malzemenin farkli 6zelliklerine sonuglarinin  birbiriyle iliskisinin
arastirilmasi.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddeye iliskin gerekliliklerin karsilanmas1 amaciyla 2. seviye
bir dokiiman olarak kalite izleme prosediirii olusturulmalidir. S6z konusu prosediir
laboratuarda olusturulan gruplar tarafindan olusturulacak yillik kalite planlar ve
uygulamasina dair esaslart igermelidir. Kalite planlarinin kayit altina alinmasi
amaciyla kullanilmak iizere 3. seviyede yillik kalite plani olusturulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.9.2 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.9.2 Kalite kontrolii kayitlari/verileri analiz edilmeli ve 6nceden tanimlanmis olan
sinirlarin disginda oldugunun tespit edilmesi durumunda, problemi diizeltmek ve
yanlig sonuglarin rapor edilmesini 6nlemek i¢in planlanmis islemler uygulanmalidir.”
[TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Belirtilen madde ile ilgili hususlar kalite izleme prosediiriinde yer almali, analiz
sonuglarinin dnceden tanimlanmig olan sinirlarin disinda oldugunun tespit edilmesi
durumunda, problemi diizeltmek ve yanlis sonuglarin rapor edilmesini 6nlemek igin
uygunsuzluk prosediirii ve diizeltici ve Onleyici faaliyet prosediiriine atifta

bulunulmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.1 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.
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“5.10.1 Genel: Laboratuar tarafindan yapilan her bir deneyin, kalibrasyonun veya
deney veya kalibrasyon serilerinin sonuglari, dogru, agik, kesin ve tarafsiz olarak ve
deney veya kalibrasyon metotlarinin biitiin 6zel talimatlarina uygun bir sekilde rapor
haline getirilmelidir. Sonuglar, normalde bir deney raporu veya bir kalibrasyon
sertifikasi seklinde verilir (Not 1) ve miisteri tarafindan talep edilen ve deney ve/veya
kalibrasyon sonuglarinin yorumlanmasi icin gereken biitiin bilgileri ve kullanilan
metodun gerektirdigi biitiin bilgileri icermelidir. Bu bilgiler, normal olarak Madde
5.10.2, Madde 5.10.3 ve Madde 5.10.4’tin gerektirdigi bilgilerdir. Kurulus i¢cindeki
miisteriler icin yapilan deneyler veya kalibrasyonlarda ve miisteri ile yazili bir
mutabakat olmasi durumunda, sonuglar basitlestirilmis bir yolla rapor haline
getirilebilir. Deneyleri ve/veya kalibrasyonlar1 yapan laboratuarda, Madde 5.10.2’den
Madde 5.10.4’e¢ kadar olan maddelerde bulunan ve miisteriye verilen raporda
belirtilmeyen herhangi bir bilgiye dogrudan ulasilabilmelidir.” [TS EN ISO IEC
17025, 2005]

PGL’nin bir test laboratuar1 olmasi nedeni ile yapilan testlere iliskin sonuglar test
raporu seklinde verilecektir. Test raporlarinin olusturulmasi ile ilgili hususlar

sonuglarin raporlanmasi prosediiriinde ele alinmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.2 ve 5.10.3 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“5.10.2 Deney raporlar ve kalibrasyon sertifikalari: Laboratuarin aksini yapmak igin
gecerli bir sebebi olmadik¢a, her deney raporu veya kalibrasyon sertifikasi en
azindan asagidaki bilgileri icermelidir:

a) Baslik (mesela “Deney raporu” veya “Kalibrasyon sertifikas1” gibi),

b) Laboratuarin adi ve adresi, deney ve/veya kalibrasyon laboratuarin adresinden
farkl1 bir yerde yapildiysa yeri,

¢) Deney raporunun veya kalibrasyon sertifikasinin 6zgiin bir tanimlamasi (mesela
seri numaras1 gibi) ve sayfalarin deney raporu veya kalibrasyon sertifikasinin bir
kism1 oldugunun anlasilmasini saglamak i¢in her sayfanin iizerine bir tanimlama
isaretinin konulmasi ve deney raporu veya kalibrasyon sertifikasinin son kisminin
acik bir sekilde tanimlanmast,

d) Miisterinin ad1 ve adresi,

e) Kullanilan metodun tanitima,

f) Deneyi veya kalibrasyonu yapilan malzemelerin tarifi, durumu ve ag¢ik kimligi,

g) Deney sonuclarinin gecerliligi ve uygulanmasi ile ilgili olmalar1 durumunda,
deneyi veya kalibrasyonu yapilan malzemelerin laboratuara kabul edilme tarihi ve
deneyin veya kalibrasyonun yapilma tarihleri,

h) Deney sonuclarinin gecerliligi ve uygulanmasi ile ilgili olmalar1 durumunda,
laboratuar veya diger kuruluslar tarafindan kullanilan numune alma plan ve
prosediirlerine yapilan atif,

i) Deney veya kalibrasyon sonuglari, uygun oldugunda 6lcii birimleriyle birlikte
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j) Deney raporunu veya kalibrasyon sertifikasin1 imzalayan elemanlarin adlari,
gorevleri ve imzalar1 veya es deger tamtimlari,

k) Duruma gore, sonuglarin sadece deneyi ve kalibrasyonu yapilan malzemelerle
ilgili oldugunu belirten bir beyana yer verilmesi.

5.10.3 Deney raporlar1

5.10.3.1 Deney raporlari, Madde 5.10.2°de verilen sartlara ek olarak, deney
sonuclarinin yorumlanmasi i¢in gerektiginde asagidaki bilgileri icermelidir:

a) Deney metodundan sapmalar, ekleme veya c¢ikarmalar, cevre sartlarn gibi 6zel
deney sartlar1 hakkinda bilgi,

b) Ilgili oldugunda, sartlara ve/veya sartnamelere uygunluk/uygunsuzluk durumunun
beyani,

¢) Uygulanabildiginde, tahmin edilen 6lgcme belirsizligi hakkinda bir ifade; deney
sonuclarinin gecerliligi veya uygulanmasi ile ilgili oldugunda veya miisterilerinin
talimat1 Oyle gerektiriyorsa veya belirsizligin bir spesifikasyon sinirina uygunlugu
etkilemesi durumunda belirsizlik hakkinda bilginin verilmesi,

d) Uygun ve gerekli oldugunda, goriisler ve yorumlar (Madde 5.10.5),

e) Ozel metotlarin, miisterilerinin veya miisteri gruplarinin talep ettigi ek bilgi.
5.10.3.2 Numune alma isleminin sonuglarini iceren deney raporlari, Madde 5.10.2 ve
Madde 5.10.3.1°de verilen sartlara ek olarak, gerekli oldugunda deney sonuglarinin
yorumlanmast i¢in asagidaki bilgileri icermelidir:

a) Numune alma tarihi,

b) Numune alinan maddenin, malzemenin veya iiriiniin belirgin bir kimliginin
verilmesi (imalét¢isinin adi, modeli veya tipi ve seri numarasi, hangisi uygunsa),

c) Herhangi bir semay1, ¢izimi veya fotograf1 da iceren numune alma yeri,

d) Kullanilan numune alma planina ve prosediirlerine yapilan atif,

e) Numune alma sirasinda deney sonuglarinin yorumlanmasini etkileyebilecek gevre
sartlarinin ayrintilari,

f) Numune alma metodu veya prosediirii ile ilgili herhangi bir standart veya diger
spesifikasyon, dikkate alinan spesifikasyondan sapmalar, ekleme ve ¢ikarmalar.” [TS
EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelere iliskin gereklilikleri karsilamak amaciyla bir test
raporu formati belirlenmeli ve olusturulacak tiim raporlar bu formata uygun

olmalidir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.4 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.10.4.1 Kalibrasyon sertifikalari, Madde 5.10.2°de verilen sartlara ek olarak,
gerekli oldugunda kalibrasyon sonuglarinin yorumlanmas: icin asagidaki bilgileri
icermelidir:

a) Kalibrasyonun yapildigi ve 6lgme sonuclarini etkileyebilecek sartlar (mesela,
cevre sartlar gibi),
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b) Olgiimiin belirsizligi ve/veya tanimlanmus bir metrolojik spesifikasyon veya
spesifikasyonun maddeleri ile uygunlugunun bir ifadesi,

¢) Olciimlerin izlenebilir olduguna dair bir delil (5.6.2.1.1 Not 2).

5.10.4.2 Kalibrasyon sertifikas1 sadece biiyiikliiklerle ve fonksiyonel deneylerin
sonuclart ile iliskili olmalidir. Bir sartnameye uygunluk hakkinda beyan
yapildiginda, bu beyan sartnamenin hangi maddelerinin saglanip hangilerini
saglanmadigin belirtmelidir. Bir sartnameye uygunlugun beyaninda, 6l¢gme sonuglari
ve bunlara iligkin belirsizliklere yer verilmediginde, laboratuar bu sonuglar
kaydetmeli ve gelecekteki muhtemel bir referans kullamim ig¢in saklamalidir.
Uygunlukla ilgili ifadeler belirtildiginde, 6l¢iimlerin belirsizligi dikkate alinmalidir.
5.10.4.3 Kalibrasyon i¢in bir cihaz ayarlandiginda veya tamir edildiginde, ayarlama
veya tamirden Once, elde edilebiliyorsa kalibrasyon sonuglar bildirilmelidir.

5.10.4.4 Bir kalibrasyon sertifikasi (veya kalibrasyon etiketi), miisteri ile mutabik
kalinan durumlar diginda, tekrar kalibrasyon yapma aralign hakkinda herhangi bir
oneri icermemelidir. Bu sartin yerine yasal diizenlemeler gecerli olabilir.” [TS EN
ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen maddelerle ilgili olarak PGL’ de yiiriitilen faaliyet
bulunmamaktadir. Bu nedenle yapilmasi gereken herhangi bir faaliyet s6z konusu

degildir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.5 maddesinde asagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.10.5 Gortigler ve yorumlar: Goriisler ve yorumlar, deney raporuna dahil
edildiginde, laboratuar beyan ettigi goriiglerin ve yorumlarin dayanaklarini dokiiman
haline getirmelidir. Goriisler ve yorumlar, deney raporuna ait goriigler ve yorumlar
oldugu belirtilerek verilmelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Yukarida belirtilen madde ile ilgili olarak PGL’ de yapilan testlere iliskin sonug¢larin
raporlandig1 herhangi ilave goriis veya yoruma yer verilmediginin kalite el kitab1 ve

sonuglarin raporlanmasi prosediiriinde belirtilmesi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.6 ve 5.10.7 maddelerinde asagida belirtilen

ifadeler yer almaktadir.

“5.10.6 Taseronlardan elde edilen deney ve kalibrasyon sonuglari: Deney raporu,
tageronlarn  yaptigi deneylerin sonuglarin1 iceriyorsa, bu sonuclar agikca
belirtilmelidir. Tageronlara ait deney ve kalibrasyon sonuglar1 yazili olarak veya
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elektronik ortamda bildirilmelidir. Kalibrasyon isi taserona verildiginde, isi yapan
laboratuar, kalibrasyon sertifikasini s6zlesmeyi yapan laboratuara vermelidir.

5.10.7 Sonuglarn elektronik olarak iletilmesi: Deney veya kalibrasyon sonuglarinin
telefon, teleks, faks veya diger elektronik veya elektromanyetik araglarla bildirilmesi
durumunda, bu standardin sartlar1 saglanmis olmalidir (Madde 5.4.7).” [TS EN ISO
IEC 17025, 2005]

S6z konusu maddeler ile ilgili olarak kalite el kitabinda hi¢ bir test faaliyeti igin
tageron kullaniminin s6z konusu olmadiginin ve test sonuclarinin higbir suretle

elektronik ortamda iletiminin s6z konusu olmadigmin belirtilmesi yeterli olacaktir.

TS EN ISO IEC 17025 standardinin 5.10.8 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.10.8 Rapor veya sertifikalarin formati: Format, yapilan her cesit deney ve
kalibrasyona uyabilecek ve yanlis anlama ve yanlis kullanma olasiligin1 en aza
indirecek sekilde tasarlanmalidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

S6z konusu madde ile ilgili olarak test raporu formatinin kolayca anlasilabilir ve

karigikliga meydan vermeyecek sekilde belirlenmesi gerekmektedir.

TS EN ISO IEC 17025 standardimin 5.10.9 maddesinde agagida belirtilen ifadeler yer

almaktadir.

“5.10.9 Deney raporlarinda ve kalibrasyon sertifikalarinda yapilan degisiklikler: Bir
deney raporunda veya kalibrasyon sertifikasinda, yayimlandiktan sonra yapilmasi
gereken maddi tadilat, sadece “Deney raporuna [veya kalibrasyon sertifikasina] ek,
seri numarasi [veya baska tiirlii tanmimlandig1 sekilde]” ifadesini veya es deger bir
ifadeyi iceren ayr1 bir dokiiman veya veri aktarimi seklinde yapilmalidir. Bu gibi
tadilat, bu standardin biitiin sartlarin1 saglamalidir. Tamamen yeni bir deney
raporunun veya kalibrasyon sertifikasinin verilmesi gerektiginde, yeni rapor veya
sertifikanin ayn bir kimligi olmal1 ve yerine gectigi orijinal sertifikaya yapilan bir
atft icermelidir.” [TS EN ISO IEC 17025, 2005]

Test raporlarinda yapilan degisikliklerle ilgili hususlar sonuglarin raporlanmasi

prosediiriinde yer almalidir.
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7.3. Modelleme ve Coziim

Yukarida yapilan analiz sonucu TS EN ISO IEC 17025 standardi maddelerini
karsilamak amaciyla yapilmasi gereken faaliyetler belirlenmistir. Bu faaliyetler KFY
metodunda teknik ihtiyaclar olarak ele alinacak olup, asagida Cizelge 7.3’de

verilmistir.

Cizelge 7.3. Teknik ihtiyaglar

No | Teknik Thtiyac Kisaltma
1 Laboratuar Kalite El Kitabi, Kalite Politikasi, kalite hedefleri, vizyon ve misyonun | T1
belirlenmesi, PGL Kurallart
2 I¢ Denetim Prosediirii, Yillik I¢ Denetim Plani, I¢ Denetim Detay Plani, I¢ Denetim Raporu | T2
Yonetimin Gozden Gegirmesi Prosediirii, YGG Toplanti Giindemi, Toplant: Tutanagt
3 Dokiiman Kontrol Prosediirii, Dokiimantasyon yapisinin belirlenmesi, Dokiiman Kodlama | T3
Talimat, i¢ kaynakli ve dis kaynakli dokiiman listeleri, Bildirim Formu Arsiv ve Kaytlarin
Raporlanmast Prosediirii, Depo Alaninin Tahsisi ve Diizenlenmesi

4 Diizeltici ve Onleyici Faaliyet Prosediiri, DOF Formu, DOF Izleme Formu, | T4
Uygunsuzluklarin Kontrolii Prosediirii, Uygunsuzluk Kayit Formu, Oneri ve Sikéyetlerin
Degerlendirilmesi Prosediirii, Oneri ve Sikdyet Formu, Miisteri Memnuniyeti Anketi

5 Personel Prosediirii, Gérev Sorumluluk Formu, Personel Dosyalari, Gizlilik Sozlesmesi, | TS
Yeterlilik ve Yetkilendirme Matrisi, Egitim Talep Formu, Yillik Egitim Plani, ilave
Egitimler Formu, I¢ Egitim Formu

6 Test Talebinin Kargilanmasi Prosediirii, Cihaz Teslim Tutanagi, Test Numunesi Isaretleme | T6
Talimati, Test Takip Formu, Test Sonu¢ Formu, Numune Etiketi ve Kodlama Sistemi,

7 Satin Alma Prosediirii, Mal/Hizmet Talep Formu, Satin Alma Kontrol Formu, Tedarik¢i | T7
Degerlendirme Formu, Onayli Tedarik¢i Listesi, Cevre Sartlarinin Kontrolii Prosediirii,
Elektronik Karth Gegig Sistemini Kurulmasi, Yerlesim Semast, Ziyaretci Kayit Formu, Isi,
Basing, nem 6l¢me cihazlar

8 Sonuglarin Raporlanmasi Prosediirii, Test Raporu Formati, Test Prosediirleri ve | T8
Talimatlari, Test Standartlarinin Temini ve Takibi
9 Metroloji Prosediirii, Yillik Kalibrasyon ve Bakim Plani, Referans Cihaz Takip Formu, | T9
Test ve Olgiimde Kullamlmaz Etiketi, Tanimlama Etiketi, Cihazlarin ayar yerlerinin etiket
ile kapatilmas1, PGL Kodu, Ol¢iim Belirsizligi Prosediirii, Kalite {zleme Prosediirii, Y1llhik
Kalite Plan1

10 | Sunucu tahsisi ve yonetimi, Laboratuar internet sitesi, Primer laboratuar veya akredite bir | T10
laboratuarla protokol imzalanmast

Bir sonraki adimda miisteri istekleri olarak modellenen gruplanmis standart
maddeleri ile teknik ihtiya¢ olarak modellenen yapilacak faaliyetler arasi iliskilerin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amagla her bir teknik ihtiyaca gore isteklerin
degerlendirildigi ikili karsilastirma matrisleri olusturulmustur. Asagida Cizelge
7.4°de T1 teknik ihtiyacina gore miisteri isteklerinin diger bir ifade ile gruplanmis
standart maddelerinin degerlendirildigi ikili karsilastirma matrisi verilmistir.
Matrisin en son siitununda agirliklara yer verilmistir. En biiyiik agirliga sahip madde
grubunun 0,326 degeri ile M1 oldugu goriilmektedir. Daha sonra ise M5, M4, M3 ve

M2 gruplan agirhik degerlerine gore biiyiikten kiiclige siralanmaktadir. Matrise
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iliskin tutarlilik oram 0,02 olarak hesaplanmis olup yapilan degerlendirmelerin tutarli

oldugu goriilmektedir.

Cizelge 7.4. T1’e gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T1 M1 M2 M3 M4 M5 Agirlik
Ml 1 4 3 2 1 0,326
M2 1/4 1 172 1/3 1/3 0,074
M3 1/3 2 1 172 172 0,122
M4 172 3 2 1 1/2 0,190
M5 1 3 2 2 1 0,288
Tutarlilik Oram = 0,02

Asagida Cizelge 7.5°de T2 teknik ihtiyacina gore miisteri istekleri olarak

modellenmis standart maddelerinin degerlendirildigi ikili kargilagtirma matrisi

verilmistir. En biiyiik agirliga sahip madde grubunun 0,516 degeri ile M4 oldugu

goriilmektedir. Daha sonra ise M1, M5, M3 ve M2 gruplan agirlik degerlerine gore

biiyiikten kiictige siralanmaktadir. Matrise iliskin tutarlilik oran1 0,06 olarak

hesaplanmis olup yapilan degerlendirmelerin tutarh oldugu goriilmektedir.

Cizelge 7.5. T2’ye gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T2 M1 M2 M3 M4 M5 Agirhik
Ml 1 2 3 1/5 1 0,171
M2 172 1 172 1/5 1 0,085
M3 1/3 2 1 1/4 1 0,111
M4 5 5 4 1 4 0,516
M5 1 1 1 1/4 1 0,117

Tutarlilik Oram = 0,06
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Benzer sekilde diger teknik ihtiyaclara gore gruplanmis standart maddelerinin
degerlendirildigi matrisler EK-1’de verildigi gibi olusturularak asagida Cizelge

7.6’da verilen agirlik degerleri elde edilir.

Cizelge 7.6. Teknik ihtiyag¢lara gore gruplanmis standart maddelerinin
degerlendirilmesi

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

M1 | 0,326 0,171 0,152 0,149 0,654 | 0,062 | 0,073 0,071 0,058 0,046

M2 | 0,074 0,085 0,517 0,065 0,137 0,091 0,048 0,095 0,101 0,411

M3 | 0,122 0,111 0,217 0,231 0,080 | 0,658 0,645 0,084 | 0,066 | 0,255

M4 | 0,190 | 0,516 | 0,057 | 0,511 0,080 | 0,047 | 0,060 | 0,083 | 0,088 | 0,033

M5 | 0,288 | 0,117 | 0,057 | 0,044 | 0,049 |0,142 | 0,174 | 0,667 | 0,687 | 0,255

Miisteri istekleri olarak modellenmis standart madde gruplarinin teknik ihtiyacglara
gore degerlendirilmelerinden sonra her bir teknik ihtiyacin digerleri ile olan
iliskilerini belirlemek gerekmektedir. Bu amagla her bir teknik ihtiyaca gore iligkili
olan diger teknik ihtiyaclarin degerlendirildigi ikili karsilastirma matrisleri

olusturulmustur.

Cizelge 7.7. T1’e gore diger teknik ihtiyaglarin degerlendirilmesi

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 | Agirhk

T2 1 172 1/3 2 3 1/5 173 1 1/5 0,050
T3 2 1 172 5 6 1/3 172 3 1/3 0,099
T4 3 2 1 7 8 2 3 5 1 0,230
T5 172 1/5 177 1 2 1/4 1/3 1 1/5 0,034

T6 1/3 1/6 1/8 1/2 1 1/7 1/5 1/3 177 0,020

T7 5 3 172 4 7 1 2 4 3 0,223
T8 3 2 1/3 3 5 172 1 4 172 0,119
T9 1 1/3 1/5 1 3 1/4 1/4 1 173 0,044
T10 5 3 1 5 7 1/3 2 3 1 0,181

Tutarlilik Orani= 0,04
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Yukarida Cizelge 7.7°de T1 teknik ihtiyacina gore diger ihtiyaglarin degerlendirildigi
ikili karsilastirma matrisi verilmistir. T1 diger tiim teknik ihtiyaclarla pozitif yonlii

bir iligkiye sahiptir.

Matrisin son siitununda yer alan agirlik degerlerine bakildiginda en biiyiik degere
sahip olan teknik ihtiyacin 0,223 ile T7 oldugu goriilmektedir. Matrise iliskin
tutarlilik oran1 0,04 olarak hesaplanmistir. Bu nedenle yapilan degerlendirmelerin

tutarli oldugu soylenebilmektedir.

Bir sonraki teknik ihtiya¢ olan T2’ye gore diger ihtiyaglarin degerlendirildigi ikili
karsilastirma matrisi asagida Cizelge 7.8’de verilmistir. Matrise iliskin tutarlilik oran

0,00 olarak verilmistir.

S6z konusu durum T2’nin sadece iki teknik ihtiyagla iliskili olmas1 nedeniyle sadece
tek bir degerlendirme yapilmasindan kaynaklanmaktadir. Agirlik degerlerine
bakildiginda T2 agisindan T1 teknik ihtiyacinin T4’e gore daha onemli etkiye sahip

oldugu anlagilmaktadir.

Cizelge 7.8. T2’ye gore diger teknik ihtiyaclarin degerlendirilmesi

T2 T1 T4 Agirlik
T1 1 5 0,875
T4 1/5 1 0,125

Tutarlilik Orani= 0,00

Benzer sekilde her bir teknik ihtiyac i¢in iliskili teknik ihtiya¢larin degerlendirildigi
matrisler EK-2’de verildigi gibi olusturularak asagida Cizelge 7.9°da verilen agirhik

degerleri elde edilir.



Cizelge 7.9. Teknik ihtiyaglara gore iliskili teknik ihtiyaclarin degerlendirilmesi

T1 T2 T3 T4 TS5 T6 T7 T8 T9 T10
T1 0 0,875 | 0,558 | 0,488 | 0,683 | 0,617 | 0,614 | 0,537 | 0,482 | 0,396
T2 | 0,050 0 0 0,145 0 0 0 0 0 0
T3 | 0,099 0 0 0,169 | 0,084 | 0,224 0 0 0 0,258
T4 | 0,230 | 0,125 | 0,110 0 0,149 0 0 0 0 0,157
T5 | 0,034 0 0,050 | 0,073 0 0 0 0 0 0
T6 | 0,020 0 0,070 0 0 0 0 0,065 | 0,075 0
T7 | 0,223 0 0,078 | 0,078 | 0,084 0 0 0,108 | 0,130 | 0,043
T8 | 0,119 0 0 0 0 0,097 | 0,197 0 0,243 | 0,068
T9 | 0,044 0 0 0 0 0,062 | 0,119 | 0,222 0 0,078
T10 | 0,181 0 0,134 | 0,047 0 0 0,070 | 0,068 | 0,070 0

130

Bir sonraki adimda KFY’ deki her bir miisteri isteginin teknik ihtiyaclarla olan iligki

diizeylerinin, teknik ihtiyaclarin kendi arasindaki iligki diizeyleri ile birlestirilmesi

gerekmektedir. Bu amagla hem AAP, hem de doniisiim yontemi kullanilmustir.

Oncelikle AAP teknigi ile yapilan hesaplamalar ele alinmustir. Daha 6nce olusturulan

ikili karsilagtirma matrislerinden alinan agirlik degerleri kullanilarak asagida Cizelge

7.10’da verilen baslangi¢ siipermatrisi olusturulmustur.

Cizelge 7.10. Baslangi¢ siipermatrisi

SM T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TIO | M M| M| M M
1 2|13 |4 5
T1 0 0,875 | 0,558 | 0,488 | 0,683 | 0,617 | 0,614 | 0,537 | 0,482 | 0,396 | O 010 |0 0
T2 | 0,050 | O 0 0,145 | 0 0 0 0 0 0 0 00 [0 0
T3 | 0,099 | 0 0 0,169 | 0,084 | 0,224 | 0 0 0 0,258 | 0 00 [0 0
T4 | 0,230 | 0,125 | 0,110 010149 |0 0 0 0 0,157 | 0 00 [0 0
T5 | 0,034 | 0 0,050 | 0,073 | 0 0 0 0 0 0 0 00 [0 0
T6 | 0,020 | O 0,070 | 0 0 0 0 0,065 | 0,075 0 0 010 |0 0
T7 | 0223 | 0 0,078 | 0,078 | 0,084 | 0 0 0,108 | 0,130 | 0,043 | O 010 |0 0
T8 | 0,119 | O 0 0 0 0,097 | 0,197 0 0,243 | 0,068 | 0 010 |0 0
T9 | 0,044 | O 0 0 0 0,062 | 0,119 | 0,222 0 0,078 | 0 00 [0 0
T10 | 0,181 | O 0,134 | 0,047 | 0 0 0,070 | 0,068 | 0,070 0 0 00 [0 0
M1 | 0,326 | 0,171 | 0,152 | 0,149 | 0,654 | 0,062 | 0,073 | 0,071 | 0,058 | 0,046 | 1 00 [0 0
M2 | 0,074 | 0,085 | 0,517 | 0,065 | 0,137 | 0,091 | 0,048 | 0,095 | 0,101 | 0,411 | O 110 |0 0
M3 | 0,122 | 0,111 | 0,217 | 0,231 | 0,080 | 0,658 | 0,645 | 0,084 | 0,066 | 0,255 | 0 0|1 0 0
M4 | 0,190 | 0,516 | 0,057 | 0,511 | 0,080 | 0,047 | 0,060 | 0,083 | 0,088 | 0,033 | 0 010 1 0
M5 | 0,288 | 0,117 | 0,057 | 0,044 | 0,049 | 0,142 | 0,174 | 0,667 | 0,687 | 0,255 | O 00 [0 1
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S6z konusu siipermatris siitun toplamlar 1 olacak sekilde normallestirilerek asagida

Cizelge 7.11°de verilen matris elde edilmistir.

Cizelge 7.11. Normallestirilmis slipermatris

SM T1 T2 T3 T4 TS5 T6 T7 T8 T9 T10 (M MM M| M

—_
)
w
~
w

T1 0 0,438 | 0,279 | 0,244 | 0,342 | 0,309 | 0,307 | 0,269 | 0,241 | 0,198 | 0O 0 0 0] 0

T2 | 0,025 0 0 0,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]1]0] 0
T3 | 0,050 0 0 0,085 | 0,042 | 0,112 0 0 0 0,129 | 0 0 0 (0] O
T4 | 0,115 | 0,063 | 0,055 0 0,075 0 0 0 0 0,079 | 0 0 0 ]1]0] 0
T5 | 0,017 0 0,025 | 0,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]0] 0
T6 | 0,010 0 0,035 0 0 0 0 0,033 | 0,038 0 0 0 0 ]1]0] 0
T7 | 0,112 0 0,039 | 0,039 | 0,042 0 0 0,054 | 0,065 | 0,022 | 0 0 0 (0] O
T8 | 0,060 0 0 0 0 0,049 | 0,099 0 0,122 | 0,034 | 0 0 0 ]1]0] 0
T9 | 0,022 0 0 0 0 0,031 | 0,060 | 0,111 0 0,039 | 0 0 0 ]1]0] 0
T10 | 0,091 0 0,067 | 0,024 0 0 0,035 | 0,034 | 0,035 0 0 0 0 (0] O

M1 | 0,163 | 0,086 | 0,076 | 0,075 | 0,327 | 0,031 | 0,037 | 0,036 | 0,029 | 0,023 1 0 0 (0] O

M2 | 0,037 | 0,043 | 0,259 | 0,033 | 0,069 | 0,046 | 0,024 | 0,048 | 0,051 | 0,206 | 0O 1 0 0] 0

M3 | 0,061 | 0,056 | 0,109 | 0,116 | 0,040 | 0,329 | 0,323 | 0,042 | 0,033 | 0,128 | 0O 0 1 0] 0

M4 | 0,095 | 0,258 | 0,029 | 0,256 | 0,040 | 0,024 | 0,030 | 0,042 | 0,044 | 0,017 | O 0 0 110

M5 | 0,144 | 0,059 | 0,029 | 0,022 | 0,025 | 0,071 | 0,087 | 0,334 | 0,344 | 0,128 | 0O 0 0 0] 1

Normallestirilmis siipermatrisin MS Excel yardimi ile yiiksek dereceden kuvveti

aliarak asagida Cizelge 7.12’de verilen simirlandirilmis siipermatris elde edilmistir.



Cizelge 7.12. Smirlandirilmis siipermatris
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SM T1 T2 T3 T4 TS5 T6 T7 T8 T9 T10 M

5
T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M1 | 0,244 | 0,204 | 0,184 | 0,189 | 0,438 | 0,137 | 0,136 | 0,131 | 0,122 | 0,122 0
M2 | 0,117 | 0,101 | 0,328 | O,111 | 0,134 | 0,127 | 0,088 | 0,110 | 0,113 | 0,290 0
M3 | 0,187 | 0,151 | 0,222 | 0,218 | 0,147 | 0,423 | 0,412 | 0,152 | 0,147 | 0,230 0
M4 | 0,185 | 0,361 | 0,118 | 0,348 | 0,139 | 0,103 | 0,109 | 0,117 | 0,117 | 0,106 0
M5 | 0,267 | 0,184 | 0,148 | 0,134 | 0,143 | 0,209 | 0,256 | 0,490 | 0,501 | 0,252 1

Smirlandirilmis siipermatriste M1-M5 satirlar ile T1- T10 siitunlarinin kesisiminde

yer alan degerler KFY’ de kullanilacak olan nihai iliski diizeylerini vermektedir.

Iliski diizeyleri ve miisteri istekleri olarak modellenen standart madde gruplarina

iliskin mutlak agirlik degerleri kullanilarak teknik ihtiyaglarin mutlak ve bagil 6nem

degerleri hesaplanir. S6z konusu hesaplamalar sonucu elde edilen mutlak ve bagil

onem degerleri asagida Cizelge 7.13’de goriilmektedir.
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Cizelge 7.13. AAP ve KFY ile hesaplanan mutlak ve bagil 6nem degerleri

TEKNIK HTIYACLAR
E=
k3
= -
2 =
2 »Bh
= <
b2 A
1Z3 <
= = |z
— o™ [ag} < vy Ne) o~ o0 (=)} —
= = = = = = = = = = =
M1 0,244 0,204 0,184 0,189 0,438 0,137 0,136 0,131 0,122 0,122 8,750
M2 0,117 0,101 0,328 | 0,111 0,134 0,127 0,088 0,110 0,113 0,290 14,000
M3 0,187 0,151 0,222 | 0,218 0,147 0,423 0,412 0,152 0,147 0,230 10,000
M4 0,185 0,361 0,118 | 0,348 0,139 0,103 0,109 0,117 0,117 0,106 5,600
M5 0,267 0,184 0,148 0,134 0,143 0,209 0,256 0,490 0,501 0,252 18,000
Mutlak
Onem 11,485 | 10,043 | 11,747 | 9,749 | 10,531 | 11,546 | 11,760 | 13,681 13,793 | 12,557
Bagil
- 9,825 8,591 10,049 | 8,340 9,009 9,877 10,061 11,704 | 11,800 | 10,743
Onem|[%]

Benzer mantikla hesaplamalar1 doniisiim yontemi kullanarak yapabilmek icin daha
once olusturulan ikili karsilastirma matrislerine ek olarak her bir n teknik ihtiyacina
gore Tnl ve Tn2 faktorlerinin degerlendirildigi birer matris olusturulmalidir. S6z
konusu matris tiim teknik ihtiyaglar i¢in ayn1 degerlere sahip olup tiim Tnl ve Tn2
faktorlerine iliskin agirlik degerleri 0,500 olarak hesaplanacaktir. Tnl’e gore madde
gruplarmin degerlendirildigi matrisler daha once AAP tekniginde Tn teknik
ihtiyacina gore MI1-MS5 miisteri isteklerinin degerlendirildigi matrislerle ayni
degerlere sahip olacaktir. Tn2’ye gore diger teknik ihtiyaclarin Tnr olarak
degerlendirildigi matrislerdeki degerler ise AAP’de her bir teknik ihtiyaca gore
iliskili olan diger ihtiyaglarin degerlendirildigi matrislerde yer alan degerlere esit
olacaktir. Hiyerarsik yapimin en alt kisminda yer alan M1-M5 gruplarinin Tnr
bicimindeki teknik ihtiya¢lar agisindan degerlendirmeleri ise yine AAP’ de her bir
Tn teknik ihtiyacina gére M1-M5 miisteri isteklerinin degerlendirildigi matrislerle

ayni degerlere sahip olacaktir.

Mevcut matrislerde hesaplanan agirlik degerleri kullanilarak KFY’ deki nihai iligki

diizeyleri hesaplanur. Iliski diizeyleri ve miisteri istekleri olarak modellenen standart
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madde gruplarina iliskin mutlak agirlik degerleri kullanilarak teknik ihtiyaglarin

mutlak ve bagil 6nem degerleri hesaplanir. S6z konusu hesaplamalar sonucu elde

edilen mutlak ve bagil 6nem degerleri asagida Cizelge 7.14’de goriilmektedir.

Cizelge 7.14. Doniigiim yontemi ve KFY ile hesaplanan mutlak ve bagil 6nem

degerleri
TEKNIK [HTIYACLAR
=i
L
=
B
Rz )
=l =i
3 5
Z <
= ¥
= E
— o on <t wy \O ~ e} (=)} —
= = = = = = = = [ = =
Ml 8,750
0247 | 0255 | 0215 | 0219 | 0,419 | 0,194 | 0,188 | 0,177 | 0,164 | 0,137
M2 14,000
0,21 | 0079 |0200 | 0,113 | 0,113 | 0,129 | 0081 | 0,098 | 0,101 | 0,294
M3 10,000
0,185 | 0,23 | 0204 | 0,194 | 0,134 | 0330 | 0321 | 0144 | 0147 | 0213
M4 5,600
0,189 | 0336 | 0127 | 0333|0163 | 0116 | 0122 |0124 |0122 | 0,109
M5 18,000
0,258 | 0207 | 0164 | 0,141 | 0,171 | 0231 | 0288 | 0457 | 0466 | 0,247
Mutlak
Onem 111 408 | 10,175 | 11,644 | 9841 | 10,579 | 11,611 | 11,856 | 13281 | 13390 | 12,501
Bagil
Onem(%] | 9810 | 8750 | 10,014 | 8463 | 9097 | 9985 | 10,196 | 11,421 | 11,515 | 10,750

7.4. Sonuclarin Degerlendirilmesi ve Personel Tahsisinin Yapilmasi

Yukarida anlatilan islemler sonucunda TS EN ISO IEC 17025 standardi maddeleri

gruplanmis ve KFY metodunda miisteri istekleri olarak modellenmistir. S6z konusu

maddelerde

belirtilen gereklilikleri

karsilamak amaciyla yapilmasi

gereken

faaliyetler ise teknik ihtiyaglar olarak belirlenmistir. S6z konusu maddelerin

faaliyetlerle ve faaliyetlerin kendi aralarinda olan iligki diizeyleri AAP ve doniisiim

yontemi ile ifade edilmis, bulunan degerler teknik ihtiyaglarin diger bir ifade ile

yapilacak faaliyetlerin mutlak ve bagil oOnem degerlerinin hesaplanmasinda

kullanilmistir. AAP ve doniisiim yontemi kullanilarak elde edilen bagil onem

degerleri asagida Cizelge 7.15’de verilmistir.
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Cizelge 7.15. Sonuglarin karsilastirilmast

Teknik Ihtiyag AAP Doéniisiim Yontemi
Bagil Onem Sira Bagil Onem Sira
Degeri Degeri
T1 9,825 7 9,810 7
T2 8,591 9 8,750 9
T3 10,049 5 10,014 5
T4 8,340 10 8,463 10
T5 9,009 8 9,097 8
T6 9,877 6 9,985 6
T7 10,061 4 10,196 4
T8 11,704 2 11,421 2
T9 11,800 1 11,515 1
T10 10,743 3 10,750 3

Teknik ihtiyaclara iliskin bagil 6nem degerleri incelendiginde her iki yontem ile elde
edilen sonuclarin birbirine oldukca yakin oldugu goriilmektedir. Teknik ihtiya¢larin
bagil 6nem degerlerine gore yapilan siralama iki yontemde de aymidir. En yiiksek
bagil onem degeri T9 i¢in hesaplanmakla birlikte biitiin teknik ihtiyaclara iliskin

bagil 6nem degerlerinin oldukca yakin oldugu gozlemlenmektedir.

Elde edilen bagil 6nem degerleri TS EN ISO IEC 17025 standardi cercevesinde
kurulan kalite yOnetim sisteminde mevcut durum analizlerinin yapilmas1 ve
iyilestirme planlarinin yapilmasit amaciyla kullanilabilir niteliktedir. S6z konusu
degerler ilgili faaliyetler iizerinde yapilacak degisikliklerin kalite yonetim sistemini
ne Olciide etkileyecegini ifade eden gostergelerdir. Kullanilan yontemler bir
faaliyette yapilan degisikligin hangi faaliyetleri ne yonde etkileyecegi, s6z konusu
degisikligin tiim kalite sisteminde meydana getirecegi etkinin ne olacagi hakkinda
karar vericiye bilgi verecektir. Ayn1 zamanda kurulan kalite sisteminin gii¢lii ve zayif
yonleri hakkinda bilgi vererek gelistirme firsatlarinin degerlendirilmesi agisindan

faydal olacaktir.
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Calismanin bir sonraki adiminda s6z konusu teknik ihtiyaclan diger bir degisle

faaliyetleri gerceklestirmek amaciyla PGL’de gorevlendirilecek personelin
belirlenmesi amaciyla, faaliyetler bagil 6nem degerlerine gore sirasiyla ele alinarak
personelin bu faaliyetlere gore degerlendirilmesi yapilacaktir. Her bir faaliyete gore
en uygun personelin belirlenmesi i¢in AHP’de puanlama yontemi kullanilacak,
personelin aldig1 puanlara gore tahsis yapilacaktir. Personelin birden fazla faaliyete
atanmasin1 engellemek igin faaliyetlerin bagil ©nem degerleri kullanilacaktir.
Ornegin oncelikle T9 faaliyeti ele alinacak ve bu faaliyete en uygun personel
belirlenecektir. Daha sonra bagil ©nem degeri en yiiksek olan T8 faaliyeti
degerlendirilirken, bir onceki adimda T9 faaliyetine atanan personel degerlendirme

disinda birakilacaktir.

Personelin degerlendirilmesinde kullanilacak faktorler, personel istegi, tecriibe,
egitim durumu ve yOnetimin goriisii olarak belirlenmistir. S6z konusu faktorlere
iliskin agirliklar asagida Cizelge 7.16’da verilen ikili karsilastirma matrisi ile

belirlenmistir.

Cizelge 7.16. Faktorlere iliskin ikili karsilagtirma matrisi

Personel Tecriibe Egitim Yonetimin Agirlik
istegi durumu goriisii
Personel 1 1 1 3 0,300
istegi
Tecriibe 1 1 1 3 0,300
Egitim 1 1 1 3 0,300
durumu
Yonetimin 1/3 1/3 1/3 1 0,100
gorisi

Personel istegi faktorii PGL’de gorevli personele yapilan basit bir anketle ele
almmistir. Her bir personel asagida Cizelge 7.17°de verilen anketi doldurarak

faaliyetleri gorev alma istegine gore siralamistir.
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Cizelge 7.17. Personel anketi 6rnegi

Asagida verilen faaliyetleri, gorev alma isteginize gore (1-10) dlcegini kullanarak siralaymiz.

Teknik Thtiyac (Faaliyet) Sira

T1 Laboratuar Kalite El Kitabi, Kalite Politikasi, kalite hedefleri, vizyon ve

misyonun belirlenmesi, PGL Kurallart

T2 Ic Denetim Prosediirii, Yillik I¢ Denetim Plam, I¢ Denetim Detay Plam, I¢
Denetim Raporu Yonetimin Gozden Gegirmesi Prosediirii, YGG Toplanti

Giindemi, Toplanti1 Tutanagt

T3 Dokiiman Kontrol Prosediirii, Dokiimantasyon yapisinin belirlenmesi, Dokiiman
Kodlama Talimati, I¢ kaynakli ve dis kaynakli dokiiman listeleri, Bildirim Formu
Arsiv ve Kayitlarin Raporlanmas: Prosediirii, Depo Alaninin Tahsisi ve

Diizenlenmesi

T4 Diizeltici ve Onleyici Faaliyet Prosediirii, DOF Formu, DOF Izleme Formu,
Uygunsuzluklarin Kontrolii Prosediiri, Uygunsuzluk Kayit Formu, Oneri ve
Sikdyetlerin Degerlendirilmesi Prosediirii, Oneri ve Sikdyet Formu, Miisteri

Memnuniyeti Anketi

T5 Personel Prosediirii, Gorev Sorumluluk Formu, Personel Dosyalari, Gizlilik
Sozlesmesi, Yeterlilik ve Yetkilendirme Matrisi, Egitim Talep Formu, Yillik

Egitim Plan, flave Egitimler Formu, I¢ Egitim Formu

T6 Test Talebinin Kargilanmas: Prosediirti, Cihaz Teslim Tutanagi, Test Numunesi
Isaretleme Talimati, Test Takip Formu, Test Sonu¢ Formu, Numune Etiketi ve

Kodlama Sistemi,

T7 Satin Alma Prosediirii, Mal/Hizmet Talep Formu, Satin Alma Kontrol Formu,
Tedarik¢i Degerlendirme Formu, Onayli Tedarik¢i Listesi, Cevre Sartlarimin
Kontrolii Prosediirii, Elektronik Kartli Gecis Sistemini Kurulmasi, Yerlesim

Semasi, Ziyaret¢i Kayit Formu, Is1, Basing, nem 6l¢me cihazlari

T8 Sonuglarin Raporlanmasi Prosediirii, Test Raporu Formati, Test Prosediirleri ve

Talimatlari, Test Standartlarinin Temini ve Takibi

T9 Metroloji Prosediirii, Yillik Kalibrasyon ve Bakim Plani, Referans Cihaz Takip
Formu, Test ve C)lgﬁmde Kullanilmaz Etiketi, Tanimlama Etiketi, Cihazlarin ayar
yerlerinin etiket ile kapatiimas1, PGL Kodu, Ol¢iim Belirsizligi Prosediirii, Kalite

izleme Prosediirii, Yillik Kalite Plan

T10 Sunucu tahsisi ve yOnetimi, Laboratuar internet sitesi, Primer laboratuar veya

akredite bir laboratuarla protokol imzalanmasi

S6z konusu anket sonuglar1 degerlendirilerek personel istegi faktoriinde kullanilacak

Olcek asagida Cizelge 7.18’de verildigi gibi belirlenmistir.
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Cizelge 7.18. Personel istegi faktoriinde kullanilan 6lgek

Ankette Belirtilen Sira Puan
1 1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100

O 0| | O »n| K~ W DN

—_
S

Bir sonraki faktor olan tecriibe faktorii icin asagida Cizelge 7.19°da verilen 0lgek

kullanilmustir.

Cizelge 7.19. Tecriibe faktoriinde kullanilan dlcek

Benzer Gorevlerde Calisma Siiresi Puan
10 y1l ve iizeri 1,000
5-9 yil 0,667
0-4 y1l 0,333

Egitim durumu faktorii icin yapilan degerlendirmede personelin aldig1 akademik ve
mesleki egitimin s6z konusu gorev acisindan yeterliligi dikkate alinmis olup

kullanilan 6l¢ek asagida Cizelge 7.20°de verilmistir.

Cizelge 7.20. Egitim durumu faktoriinde kullanilan 6l¢ek

Egitim Yeterliligi Puan
Mesleki ve akademik olarak uygun 1,000
Mesleki olarak uygun 0,750
Akademik olarak uygun 0,500
Mesleki ve akademik olarak uygun degil 0,250
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Son olarak yonetimin goriisii faktoriinde, PGL yOnetiminin personelin bir goreve
uygunlugu ile ilgili degerlendirmesi ele alinmistir. S6z konusu faktorle ilgili olarak

kullanilan 6lcek asagida Cizelge 7.21’de verilmistir.

Cizelge 7.21. Yonetimin goriisii faktoriinde kullanilan 6l¢ek

Personelin gorev uygunluk derecesi Puan
Yiiksek 1,000
Orta 0,667
Zayif 0,333

Bir sonraki adimda her bir faaliyet icin belirlenen dort faktore gére PGL’ de mevcut
durumda istihdam edilen 17 personel degerlendirilmis ve elde edilen sonuglara gore
tahsis yapilmistir. Personel tahsisi yapilirken en yiiksek bagil nem degerine sahip

yedi faaliyet icin ikiser personel diger ii¢ faaliyet i¢in birer personel atanmistir.

En yiiksek bagil Onem degerine sahip T9 faaliyetine gore tiim personel
degerlendirilmistir. S6z  konusu faaliyetle ilgili olarak iki  personel

gorevlendirilecektir. Yapilan degerlendirme asagida Cizelge 7.22°de verilmistir.

Yapilan degerlendirme sonucu personelin aldigi toplam puan her bir faktore iliskin
agirlik ile ilgili faktorden alinan puan c¢arpimlarinin toplamiyla hesaplanmistir.
Ornegin P1 personeline iliskin toplam puan (0,300) x (0,500) + (0,300) x (0,667) +
(0,300) x (1,000) + (0,100) x (1,000) = 0,750 olarak hesaplamistir.

Elde edilen sonuglardan hareketle en yiiksek puana sahip iki personel olan P5 ile

P14, T9 faaliyetine atanmistir.



Cizelge 7.22. T9 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi

Personel | Tecritbe | Egitim Yonetimin | Toplam

istegi (0,300) durumu | goriisii Puan

(0,300) (0,300) (0,100)
P1 0,500 0,667 1,000 1,000 0,750
P2 0,200 0,667 1,000 1,000 0,660
P3 0,800 0,333 0,750 1,000 0,665
P4 0,900 0,333 0,500 0,333 0,553
P5 0,900 0,667 1,000 0,667 0,837
P6 0,400 0,333 0,750 0,333 0,478
P7 0,300 0,667 1,000 0,667 0,657
P8 1,000 0,333 0,250 1,000 0,575
P9 0,200 1,000 0,750 0,667 0,652
P10 0,600 0,667 0,750 0,667 0,672
P11 0,600 0,333 1,000 1,000 0,680
P12 0,900 0,667 0,500 1,000 0,720
P13 0,100 1,000 1,000 0,667 0,697
P14 1,000 0,667 0,750 1,000 0,825
P15 0,300 1,000 0,750 1,000 0,715
P16 0,900 0,333 0,750 0,333 0,628
P17 0,500 0,667 1,000 0,333 0,683
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Bir sonraki yiiksek bagil onem degerine sahip T8 faaliyetine gore daha dnce atanan

iki personel degerlendirme dis1 birakilarak on bes personel degerlendirilmistir. S6z

konusu faaliyetle

ilgili  olarak

iki  personel

degerlendirme asagida Cizelge 7.23’de verilmistir.

gorevlendirilecektir.

Yapilan
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Cizelge 7.23. T8 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi

Personel | Tecriibe Egitim Yonetimin | Toplam

istegi (0,300) durumu goriisii Puan

(0,300) (0,300) (0,100)
P1 1,000 0,333 0,500 1,000 0,650
P2 0,400 0,667 1,000 1,000 0,720
P3 0,900 1,000 0,500 1,000 0,820
P4 0,700 0,667 0,500 0,667 0,627
P6 0,900 0,330 0,750 1,000 0,694
P7 1,000 0,667 0,750 1,000 0,825
P8 0,100 1,000 1,000 0,667 0,697
P9 0,500 0,667 1,000 1,000 0,750
P10 0,100 0,333 0,750 1,000 0,455
P11 1,000 0,667 0,500 1,000 0,750
P12 0,500 1,000 0,750 0,333 0,708
P13 0,800 0,667 0,500 0,333 0,623
P15 1,000 0,333 1,000 1,000 0,800
P16 0,100 0,333 0,750 0,667 0,422
P17 0,900 0,667 0,250 1,000 0,645

Yapilan degerlendirme sonucunda en yiiksek puana sahip iki personel olan P3 ile P7,

T8 faaliyeti ile gorevlendirilmistir.

Benzer mantikla diger faaliyetlere gore personelin degerlendirildigi matrisler EK-

3’de verildigi sekilde yapilarak personel tahsisi tamamlanmustir.

Yapilan atamalar sonucunda personel tahsisine iliskin son durum asagida Cizelge

7.24’°de verilmistir.
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Cizelge 7.24. Personel tahsisi

Faaliyet Personel
T1 P13-P17
T2 P9
T3 P10-P11
T4 P16
TS P6
T6 P4-P12
T7 P2-P15
T8 P3-P7
T9 P5-P14
T10 P1-P8

Yapilan hesaplamalar sonucunda TS EN ISO IEC 17025 kalite yonetim sistemi ile
ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi, is giicliniin planlanmasi, gerekli niteliklere
sahip personelin atanmast ve standart gerekliliklerinin hangi faaliyetler ile
karsilanacagi belirlenmistir. Hesaplamalarda kullanilan yontemler kalite yonetim
sistemine iligkin degisiklikleri dikkate alabilecek esneklige sahiptir. Bu nedenle
kalite sisteminin gelisimi siirecinde de bir planlama ve analiz araci olarak
kullanilabilecektir. Zaman igersinde kalite yonetim sisteminde yasanacak gelismelere
paralel olarak standart maddelerinin mutlak agrnliklari, yapilacak faaliyetler
degisebilecek dolayisiyla bu degerlere bagli olarak yapilan hesaplamalar benzer

mantikla giincellenerek yeniden planlama yapilabilecektir.
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8. SONUC

KFY ve ¢ok olgiitlii karar verme tekniklerinin kullamimiyla TS EN ISO IEC 17025
standardi ¢ercevesinde kurulacak kalite yonetim sisteminin gerekliliklerinin yerine
getirilmesi ve sistemin diizgiin isleyisinin saglanmasi i¢in gelistirilen yontem ve
uygulamasinin ele alindigi bu calismada 6ncelikle s6z konusu yontemlere iligkin
literatiirde yer alan caligsmalar incelenmis, daha sonra bu yontemlerin temel isleyisi

ve uygulama adimlari 6rnekler ile anlatilmistir.

Bu kapsamda ilk once KFY ayrintili olarak incelenmistir. Daha sonra ¢ok Olciitlii
karar verme teknikleri ele alinmistir. AAP’nin AHP’ye kiyasla birbirleri ile iligkili
olan faktorlere gore degerlendirme yapilmasin gerektiren karar problemlerinde daha
gelismig bir teknik oldugu gozlemlenmis, AHP tekniginin ise bagimsiz faktorlere
gore alternatiflerin degerlendirildigi problemlerde tercih edilebilecegi belirtilmistir.
S6z konusu tekniklerin avantajli yonlerinden faydalanarak ¢ok olciitlii karar vermede
yeni bir yaklasim gelistirilmistir. Doniistim yontemi adi verilen teknik ile AAP’nin
aym diizeydeki iliskileri hesaplamalara katma 6zelligi AHP’deki hiyerarsi yapisi ile
¢Oziime ulasma ozelligi ile birlestirilmeye calisilmis, s6z konusu yontemin AAP’ ye

yakin sonuglar verdigi ve hesaplama kolaylig1 sagladigi gozlemlenmistir.

Calismanin besinci boliimiinde ¢ok ol¢iitlii karar verme teknikleri ve KFY ’nin ¢esitli
uyarlamalar aracilig ile bir arada kullanildig1 yontemler ele alinmistir. Daha sonraki
bolimde TS EN ISO IEC 17025 standardi ve laboratuar akreditasyonu ile ilgili

calismalar anlatilmagtir.

Yedinci boliimde gelistirilen yontemlerin soz konusu standart kapsaminda kalite
sisteminin olusturulmast amaciyla kullanildigi bir uygulamaya yer verilmistir.
Oncelikle uygulamanin yapildig: laboratuar tamtilmis, daha sonra TS EN ISO IEC
17025 standardi maddeleri gruplanmis ve KFY’ deki miisteri istekleri olarak
modellenmistir. Gruplanmis maddelere iligkin 6nem dereceleri mevcut durum,
planlanan kalite diizeyleri ve iyilestirme oranlar belirlenerek mutlak agirlik degerleri

hesaplanmistir. Bir sonraki adimda TS EN IOS/IEC 17025 standardi maddeleri
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analiz edilerek, s6z konusu maddelerde belirtilen gereklilikleri saglamak igin
yapilmasi gereken faaliyetler belirlenmis ve teknik ihtiyaclar olarak KFY
hesaplamalarina dahil edilmistir. Daha sonra s6z konusu maddeler teknik ihtiyacglara
gore ikili karsilastirma matrisleri ile degerlendirilmis, ayn1 zamanda teknik ihtiyaglar
arasi iligkiler de aym1 mantikla hesaplamalara katilarak iligski diizeyleri belirlenmistir.
S6z konusu iligki diizeylerinin hesaplanmasinda AAP ve daha 6nce 4. boliimde ana
hatlartyla agiklanan doniisiim yontemi kullanilmistir. Hesaplanan mutlak agirlhik
degerleri ve iligkili diizeyleri kullanilarak teknik ihtiyaglarin diger bir ifade ile
yapilmasi: gereken faaliyetlerin bagil 6nem degerleri hesaplanmistir. AAP ve
doniisiim yontemi kullanimi sonucunda faaliyetlerin bagil énem degerlerine gore
ayn1 siralamaya sahip oldugu gézlemlenmistir. Bir sonraki adimda faaliyetler i¢in
gorevlendirilecek personelin belirlenmesi amaciyla, bagil 6nem degerlerinden
hareketle yapilan siralamaya gore tiim faaliyetler ele alinmis, her bir faaliyet igin
mevcut durumda sdz konusu laboratuarda istihdam edilen personel AHP puanlama
teknigi ile degerlendirilmistir. Bir sonraki asamada, elde edilen sonuglara gore

faaliyetler icin personel tahsisi yapilarak ¢alisma sonlandirilmistir.

Bu calismada TS EN ISO IEC 17025 standardi ¢ercevesinde kurulacak bir kalite
yonetim sistemi ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi, standart gerekliliklerinin
hangi faaliyetler ile karsilanacaginin belirlenmesi, is giiciiniin planlanmasi, gerekli
niteliklere sahip personelin atanmasi ve i¢in ¢ok oOlgiitlii karar verme teknikleri ve
KFY tekniklerinin biitiinlesik olarak kullanildigi bir yontem olusturulmus ve
uygulanmasi ele alinmistir. Cok 6lgiitlii karar verme tekniklerinden AHP ve AAP’nin
bir ara kesiti niteliginde olan doniisiim yontemi gelistirilmis, s6z konusu ydntemin
AAP’ ye yakin sonuglar verdigi ve hesaplama kolaylig1 sagladigi gézlemlenmistir.
Cok olgiitlii karar verme teknikleri ile KFY’nin bir arada kullanilmasinin
yontemlerin avantajli yonlerinden istifade etme imkam verdigi gozlemlenmis, kalite
yonetim sistemlerinin kurulmasi ve isletilmesi amaciyla s6z konusu yontemlerin
kullanilmasinin faydali olacagi degerlendirilmistir. Konu ile ilgili olarak baska
calismalarda ¢ok olgiitlii karar verme tekniklerinde bulanik mantigin kullanilmasi ve
bu sekilde KFY ile biitiinlestirilmesi ile yeni yaklasimlarin arastirilmasimin faydali

olacagi degerlendirilmektedir.
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EKLER



EK-1 Teknik ihtiyaglara gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirildigi

matrisler

Cizelge 1.1. T3’e gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T3 M1 M2 M3 M4 M5 Agirlik
Ml 1 1/3 172 3 3 0,152
M2 3 1 4 7 7 0,517
M3 2 1/4 1 4 4 0,217
M4 1/3 1/7 1/4 1 1 0,057
M5 1/3 1/7 1/4 1 1 0,057
Tutarlilik Oran1 = 0,03

Cizelge 1.2. T4’e gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi
T4 Ml M2 M3 M4 M5 Agirlik
M1 1 3 172 1/4 4 0,149
M2 1/3 1 1/4 1/7 2 0,065
M3 2 4 1 1/3 5 0,231
M4 4 7 3 1 8 0,511
M5 1/4 1/2 1/5 1/8 1 0,044

Tutarlilik Oram= 0,02

Cizelge 1.3. TS e gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

TS5 M1 M2 M3 M4 M5 Agirlik
M1 1 7 8 8 9 0,654
M2 177 1 2 2 3 0,137
M3 1/8 172 1 1 2 0,080
M4 178 172 1 1 2 0,080
M5 1/9 1/3 172 172 1 0,049

Tutarlilik Orani= 0,02
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EK-1 (Devam) Teknik ihtiyaglara gore gruplanmis standart maddelerinin

degerlendirildigi matrisler

Cizelge 1.4. T6’ya gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T6 M1 M2 M3 M4 M5 Agirlik
M1 1 172 1/9 2 1/3 0,062
M2 2 1 1/7 2 1/2 0,091
M3 9 7 1 9 8 0,658
M4 1/2 172 1/9 1 1/3 0,047
M5 3 2 1/8 3 1 0,142
Tutarlilik Oram= 0,04

Cizelge 1.5. T7’ye gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T7 Ml M2 M3 M4 M5 Agirlik
Mil 1 2 177 1 173 0,073
M2 172 1 1/9 1 1/5 0,048
M3 7 9 1 9 7 0,645
M4 1 1 1/9 1 173 0,060
M5 3 5 177 3 1 0,174

Tutarlilik Oram= 0,04

Cizelge 1.6. T8 e gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi
T8 Ml M2 M3 M4 M5 Agirlik
M1 1 1 1 172 1/8 0,071
M2 1 1 2 1 1/8 0,095
M3 1 1/2 1 2 1/9 0,084
M4 2 1 1/2 1 1/9 0,083
M5 8 8 9 9 1 0,667

Tutarlilik Orani= 0,06
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EK-1 (Devam) Teknik ihtiyaglara gore gruplanmis standart maddelerinin

Cizelge 1.7. T9’a gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

degerlendirildigi matrisler

T9 M1 M2 M3 M4 M5 Agirhik
Ml 1 172 1 172 1/9 0,058
M2 1 1 2 1 1/9 0,101
M3 1 172 1 1 1/9 0,066
M4 2 1 1 1 1/9 0,088
M5 9 9 9 9 1 0,687
Tutarlilik Orami= 0,02

Cizelge 1.8. T10’a gore gruplanmis standart maddelerinin degerlendirilmesi

T10 M1 M2 M3 M4 M5 Agirlik
Mil 1 1/8 177 2 177 0,046
M2 8 1 2 9 2 0,411
M3 7 172 1 8 1 0,255
M4 172 1/9 1/8 1 1/8 0,033
M5 7 172 1 8 1 0,255

Tutarlilik Oram= 0,02
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EK-2 Her bir teknik ihtiyac i¢in iligkili teknik ihtiya¢larin degerlendirildigi matrisler

Cizelge 2.1. T3’e gore diger teknik ihtiyag¢larin degerlendirilmesi

T3 T1 T4 T5 T6 T7 T10 Agirlik
T1 1 8 9 5 7 0,558
T4 1/5 2 2 2 172 0,110
T5 1/8 172 1 172 172 1/2 0,050
T6 1/9 172 2 1 1 172 0,070
T7 1/5 172 2 1 1 172 0,078
T10 1/7 2 2 2 1 0,134
Tutarlilik Orani= 0,03

Cizelge 2.2. T4’e gore diger teknik ihtiyaglarin degerlendirilmesi

T4 T1 T2 T3 T5 T7 T10 Agirlik
T1 1 5 4 6 6 5 0,488
T2 1/5 1 1 2 2 4 0,145
T3 1/4 1 1 3 2 5 0,169
T5 1/6 172 173 1 1 2 0,073
T7 1/6 172 172 1 1 2 0,078
T10 1/5 1/4 1/5 172 172 1 0,047
Tutarlilik Orani= 0,03
Cizelge 2.3. TS e gore diger teknik ihtiyaglarin degerlendirilmesi
T5 T1 T3 T4 T7 Agirlik
T1 1 7 6 7 0,683
T3 177 1 172 1 0,084
T4 1/6 2 1 2 0,149
T7 1/7 1 172 1 0,084

Tutarlilik Oram= 0,01
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EK-2 (Devam) Her bir teknik ihtiyac icin iligkili teknik ihtiya¢larin degerlendirildigi

matrisler

Cizelge 2.4. T6’ya gore diger teknik ihtiyaclarin degerlendirilmesi

T6 T1 T3 T8 T9 Agirhik

T1 1 4 6 7 0,617

T3 1/4 1 3 4 0,224

T8 1/6 1/3 1 2 0,097

T9 1/7 1/4 172 1 0,062
Tutarlilik Orani= 0,04

Cizelge 2.5. T7’ye gore diger teknik ihtiyaclarin degerlendirilmesi

T7 T1 T8 T9 T10 Agirhik

T1 1 4 5 7 0,614

T8 1/4 1 2 3 0,197

T9 1/5 172 1 2 0,119

T10 1/7 1/3 172 1 0,070
Tutarlilik Orani= 0,02

Cizelge 2.6. T8 e gore diger teknik ihtiyag¢larin degerlendirilmesi

T8 T1 T6 T7 T9 T10 Agirlik

T1 1 6 5 4 6 0,537

T6 1/6 1 172 1/4 1 0,065

T7 1/5 2 1 1/3 2 0,108

T9 1/4 4 3 1 3 0,222

T10 1/6 1 172 1/3 1 0,068
Tutarlilik Oram= 0,03
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EK-2 (Devam) Her bir teknik ihtiyac icin iligkili teknik ihtiya¢larin degerlendirildigi

matrisler

Cizelge 2.7. T9’a gore diger teknik ihtiyaglarin degerlendirilmesi

T9 T1 T6 T7 T8 T10 Agirhik
T1 1 5 4 3 5 0,482
T6 1/5 1 172 173 1 0,075
T7 1/4 2 1 172 2 0,130
T8 1/3 3 2 1 5 0,243
T10 1/5 1 172 1/5 1 0,070
Tutarlilik Oram= 0,02
Cizelge 2.8. T10’a gore diger teknik ihtiyaclarin degerlendirilmesi
T10 T1 T3 T4 T7 T8 T9 | Agirhik
T1 1 2 3 7 6 4 0,396
T3 172 1 2 5 4 4 0,258
T4 1/3 172 1 4 3 2 0,157
T7 1/7 1/5 1/4 1 172 172 0,043
T8 1/6 1/4 1/3 2 1 1 0,068
T9 1/4 1/4 172 2 1 1 0,078
Tutarlilik Oram= 0,01




EK-3 Faaliyetlere gore personelin degerlendirildigi matrisler

Cizelge 3.1. T10 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin | Toplam
istegi (0,300) durumu gortisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)

Pl 0,700 1,000 0,750 1,000 0,835
P2 0,900 0,667 0,500 1,000 0,720
P4 0,200 0,330 1,000 0,667 0,526
P6 0,800 0,333 0,750 0,667 0,632
P8 0,900 0,667 1,000 1,000 0,870
P9 0,800 1,000 0,500 0,667 0,757
P10 0,500 1,000 0,750 1,000 0,775
P11 0,100 0,667 0,750 0,333 0,488
P12 0,300 0,333 0,250 0,667 0,332
P13 0,700 0,667 1,000 1,000 0,810
P15 0,100 0,333 1,000 0,667 0,497
P16 0,800 1,000 0,500 0,667 0,757
P17 1,000 1,000 0,500 0,333 0,783

Cizelge 3.2. T7 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin | Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)

P2 0,800 1,000 0,750 0,667 0,832
P4 0,100 0,667 0,500 0,333 0,413
Po6 0,100 0,333 0,250 0,667 0,272
P9 0,100 1,000 0,750 0,333 0,588
P10 0,400 0,667 0,750 1,000 0,645
P11 0,200 1,000 0,750 0,667 0,652
P12 0,700 0,667 0,750 0,333 0,668
P13 0,300 0,333 0,750 1,000 0,515
P15 0,900 0,667 0,500 1,000 0,720
P16 0,200 1,000 0,500 1,000 0,610
P17 0,600 1,000 0,500 0,667 0,697
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EK-3 (Devam) Faaliyetlere gore personelin degerlendirildigi matrisler

Cizelge 3.3. T3 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin | Toplam
istegi (0,300) durumu gortisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P4

0,800 0,667 0,250 1,000 0,615
P6

0,600 1,000 0,500 0,333 0,663
P9

0,700 0,333 0,500 0,333 0,493
P10

0,600 0,333 0,500 1,000 0,530
P11

1,000 0,667 0,750 0,667 0,792
P12

0,900 0,667 1,000 0,667 0,837
P13

0,400 1,000 0,500 0,333 0,603
P16

0,700 0,333 1,000 1,000 0,710
P17

0,700 0,667 0,750 1,000 0,735
Cizelge 3.4. T6 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin | Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P4

1,000 0,667 0,750 0,667 0,792
P6

0,300 1,000 0,750 1,000 0,715
P9

0,300 1,000 1,000 0,333 0,723
P12

1,000 0,667 0,500 1,000 0,750
P13

0,200 1,000 0,750 1,000 0,685
P16

0,500 0,333 0,500 0,667 0,467
P17

1,000 0,333 0,250 0,667 0,542
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EK-3 (Devam) Faaliyetlere gore personelin degerlendirildigi matrisler

Cizelge 3.5. T1 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi

Personel Tecriibe Egitim Yonetimin Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P6
0,500 0,667 0,250 0,333 0,458
P9
0,700 0,333 1,000 1,000 0,710
P13
0,900 0,333 1,000 0,667 0,737
P16
0,500 0,667 0,500 1,000 0,600
P17
0,800 0,667 0,750 1,000 0,765
Cizelge 3.6. TS faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yo6netimin Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P6
0,200 1,000 1,000 0,667 0,727
P
? 0,400 1,000 0,500 1,000 0,670
P16
0,600 0,667 0,750 1,000 0,705
Cizelge 3.7. T2 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P9 0,900 1,000 0,750 0,667 0,862
P16 0,300 0,667 1,000 1,000 0,690
Cizelge 3.8. T4 faaliyetine gore personelin degerlendirilmesi
Personel Tecriibe Egitim Yonetimin Toplam
istegi (0,300) durumu goriisii Puan
(0,300) (0,300) (0,100)
P16
0,400 1,000 0,750 1,000 0,745
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